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LIMITS AND METHODS OF MEASUREMENT
OF RADIO DISTURBANCE CHARACTERISTICS OF
—ELEGCTRIGAL LIGHHNG-AND-SHIVHLAR EQUIPMENT ——

INTERPRETATION SHEET 1

This interpretation sheet has been prepared by subcommittee CISPR F: Interference felating to
household appliances tools, lighting equipment and similar~’apparatus, of IEC [technical
committeg CISPR: International special committee on radig-interference.

The text of this interpretation sheet is based on the folowing documents:

DISH Report on voting
CIS/F/777/DISH CIS/F/790/RVDISH

Full information on the voting for the approval of this interpretation sheet can be foynd in the
report on|voting indicated in the aboye-table.

CISPR 15 interpretation sheet on the worst-case mode of operation

Introduction

Subclause 7.5 specifies the operating modes of lighting equipment that must be considered
during an emission test. A few examples are given to support the explanation of what ‘different
operating modes’ means. The list of examples is of course not exhaustive. Apparently, the
example of ‘colour shifting’ is not clear enough and it is sometimes interpreted as if any possible
colour and/or correlated colour temperature (CCT) setting that lighting equipment may produce
shall be assessed during measurements. Many types of LED lighting may be set in many
different colours and CCTs. Compared to other operational-mode related influence quantities
such as light level regulation, flashing or radio communication, the risk of not capturing the
maximum level of electromagnetic (EM) disturbances due to different colour or CCT settings is
very small, provided that all channels of a LED driver used to change colour or CCT are
operative. The ‘colour shifting’-example was meant for example for a mode where the light
output continuously switches from one colour to another with a certain repetition frequency (e.g.
applied for entertainment, events etc.), instead of emitting a single stable colour and/or CCT.

ICS 33.100.10
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What is the meaning of example ‘colour shifting’ as mode of operation to be considered during
testing? What colour and/or colour temperature should be selected in case lighting equipment

can be se

t in a wide range of colours and/or CCTs?

Interpretation

The example ‘colour shifting’ in the first paragraph of 7.5 of CISPR 15:2018 must not be
interpreted as if any possible colour and/or CCT setting that lighting equipment may produce

shall be a

ssessed during measurements.

Generally
operation

Alternativ
the highe
given in t

A reason
channels

number df channels applied depends on the LED-driver/LED-light-source architectu

maximum
in the midg

EXAMPLE
colour (RGB
test is capab)

range may b

,_according 10 7.b the worst case shall be found by prescanning every
over at least one repetition interval of the specific mode.

ely, measurements can be performed using the setting(s) that are expected t
5t amplitude emissions relative to the limit; and, the reasons for.the selectio
ne test report.

could be that highest level of electromagnetic (EM) distutbances will be capf
of a LED driver used to create different colours andior CCTs are operd

EM disturbances can be achieved by selecting@ white colour and/or a C(
dle of the specified CCT range.

Colour variation and CCT variation may be achieved using‘a 5-channel LED driver powering three LH
setting and two cool white and warm white LED stringsfor CCT setting. Hence, in case the lighting equ
e to operate at different colours and/or CCTs, a whitexcolour and/or a single CCT in the middle of the s

L selected .

mode of

b produce
n shall be

ured if all
tive. The
re. Often,
T setting

D strings for
pment under
pecified CCT

1 7.4 of CISPR 15:2018, also still applies.
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rnational Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization
bnal electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of [ECJis
onal co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and’ electron
and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Tiechhical Sp
bl Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred
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International Standard CISPR 15 has been prepared by subcommittee CIS/F: Interference
relating to household appliances tools, lighting equipment and similar apparatus, of IEC
technical committee CISPR: International special committee on radio interference.

This ninth edition cancels and replaces the eighth edition published in 2013 and its
Amendment 1:2015. This edition constitutes a technical revision.

This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous
edition:

a)
b)
c)

full ed

itorial revision and restructuring;

the restriction to mains and battery operation is deleted in the scope;

radiated disturbance limits in the frequency range 300 MHz to 1 GHz have been
introduced;
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d) the load terminals limits and the CDNE (alternative to radiated emissions) limits have
changed,;

e) deletion of the insertion-loss requirements and the associated Annex A;

f) introduction of three basic ports: wired network ports, local wired ports and the enclosure
port;

g) introduction of a more technology-independent approach;

h) replacement of Annex B (CDNE) by appropriate references to CISPR 16-series of
standards;

i) modified requirements for the metal holes of the conical housing;

j) new conducted disturbance measurement method for GU10 self-ballasted lamp;

k) additipmofcurrentprobemeasurement method—amd—timmits—for various—types of] ports (in
additipn to voltage limits and measurement methods);

[) introdpction of the term ‘module’ (instead of independent auxiliary) and regquirements for
measTrement of modules using a host (reference) system;

m) modified specifications for stabilization times of EUTs;

n) for large EUT (> 1,6 m), addition of the magnetic field measurement method using a 60 cm

The text ¢of this International Standard is based on the following documents:

loop gntenna at 3 m distance (method from CISPR 14-1) as an“alternative to thg 3 m and
4 m LAS.

FDIS Report'on voting
CIS/F/733/FDIS CIS/F/736/RVD

Full information on the voting for the approval\of this International Standard can bg found in

the repor{ on voting indicated in the above table.

This docyment has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

The committee has decided that'the contents of this document will remain unchanged until the
stability date indicated on the IEC website under "http://webstore.iec.ch" in the data felated to

the specific document. At this'date, the document will be

reconfirmed,

withdfawn,

replaged by-asrevised edition, or
amenged.

The contents of the interpretation sheet of November 2019 have been included in this copy.

IMPORTANT - The 'colour inside’ logo on the cover page of this publication indicates
that it contains colours which are considered to be useful for the correct
understanding of its contents. Users should therefore print this document using a
colour printer.
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LIMITS AND METHODS OF MEASUREMENT OF
RADIO DISTURBANCE CHARACTERISTICS OF
ELECTRICAL LIGHTING AND SIMILAR EQUIPMENT

1 Scope

This document applies to the emission (radiated and conducted) of radiofrequency
disturbances from:

— lightin
— thelig

NOTE
- UV an

— adver

NOTE 2

— decor

— emerg
Excluded

- comp
user-1

NOTE

— lightin|
(1979

— lightin|
— video

- instaIIIEtions;

— equip
range

in lighting function:

NOTE 4
— eq

g equipment (3.3.16);

Examples are lighting equipment with visible-light communication, entertainmebtlighting.
d IR radiation equipment for residential and non-industrial applications;
ising signs;

Examples are neon tube advertising signs.
btive lighting;
ency signs.

from the scope of this document are:

pbnents or modules intended to be built.into lighting equipment and whic
eplaceable;

See CISPR 30 (all parts) for built-in controlgear.

g equipment operating in the(lSM frequency bands (as defined in Resg
of the ITU Radio Regulatien);

g equipment for aircraft-and airfield facilities (runways, service facilities, pld
signs;

ent for which'the electromagnetic compatibility requirements in the radio-1
are explicithys\formulated in other CISPR standards, even if they incorpora

I Examples of exclusions are:

hting part of multi-function equipment where this lighting part is a primary fyinction;

h are not

lution 63

tforms);

requency
e a built-

hipment with built-in lighting devices for display back lighting, scale illumination and signaling;

- S8

-displays;

— range hoods, refrigerators, freezers;

— photocopiers, projectors;

— lighting equipment for road vehicles (in scope of CISPR 12).

The frequency range covered is 9 kHz to 400 GHz. No measurements need to be performed
at frequencies where no limits are specified in this document.

Multi-function equipment which is subjected simultaneously to different clauses of this
document and/or other standards need to meet the provisions of each clause/standard with
the relevant functions in operation.

For equipment outside the scope of this document and which includes lighting as a secondary
function, there is no need to separately assess the lighting function against this document,
provided that the lighting function was operative during the assessment in accordance with
the applicable standard.
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NOTE 5 Examples of equipment with a secondary lighting function can be range hoods, fans, refrigerators,
freezers, ovens and TV with ambient lighting.

The radiated emission requirements in this document are not intended to be applicable to the
intentional transmissions from a radio transmitter as defined by the ITU, nor to any spurious
emissions related to these intentional transmissions.

Within the remainder of this document, wherever the term "lighting equipment" or "EUT" is
used, it is meant to be the electrical lighting and similar equipment falling in the scope of this
document as specified in this clause.

2 Normative references

The folloywing documents are referred to in the text in such a way that some or aIII of their
content donstitutes requirements of this document. For dated references, only*the edition
cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including
any amerjdments) applies.

IEC 6003B, IEC standard voltages

IEC 6005D-161, International Electrotechnical Vocabulary< ~(IEV) — Chapter 161:
Electromagnetic compatibility

IEC 6005D-845:1987, International Electrotechnical Vocabulary — Chapter 845: Lighting

IEC 6006[1-1, Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchanpeability and safety — Part 1: Lamp cap$s

IEC 6008[1, Double-capped fluorescent lamps’— Performance specifications

IEC 6059

B-1:2014, Luminaires — Part(1:"General requirements and tests
IEC 60598-

1
1:2014/AMD1:2017
IEC 60921, Ballasts for tubular. fluorescent lamps — Performance requirements

IEC 61000-4-20:2010:, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-20: Tedting and
measurement techniques — Emission and immunity testing in transverse electrqmagnetic
(TEM) waveguides

IEC 6119b, Double-capped fluorescent lamps — Safety specifications

IEC 62504:2014, General lighting — Light emitting diode (LED) products and related
equipment — Terms and definitions

CISPR 16-1-1:2015, Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus
and methods — Part 1-1: Radio disturbance and immunity measuring apparatus — Measuring
apparatus

CISPR 16-1-2:2014, Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus
and methods — Part 1-2: Radio disturbance and immunity measuring apparatus — Coupling
devices for conducted disturbance measurements

CISPR 16-1-4:2010, Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus
and methods — Part 1-4: Radio disturbance and immunity measuring apparatus — Antennas
and test sites for radiated disturbance measurements

CISPR 16-1-4:2010/AMD1:2012

CISPR 16-1-4:2010/AMD2:2017
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CISPR 16-2-1:2014, Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus
and methods — Part 2-1: Methods of measurement of disturbances and immunity — Conducted
disturbance measurements

CISPR 16-2-1:2014/AMD1:2017

CISPR 16-2-3:2016, Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus
and methods — Part 2-3: Methods of measurement of disturbances and immunity — Radiated
disturbance measurements

CISPR 16-4-2:2011, Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus
and methods — Part 4-2: Uncertainties, statistics and limit modelling — Measurement
instrumentation uncertainty

CISPR 16-4-2:2011/AMD1:2014

CISPR TR 30-1:2012, Test method on electromagnetic emissions — Part 1: Elegctronic control
gear for dingle- and double-capped fluorescent lamps

CISPR 32:2015, Electromagnetic compatibility of multimedia equipment — |Emission
requirements

ISO/IEC [17025:20051, General requirements for the competence” of testing and dalibration
laboratories

3 Terms, definitions and abbreviated terms

3.1 Geheral

For the purposes of this document, the terms and definitions given in IEC 6(0050-161,
IEC 62504, IEC 60050-845 and the following~apply.

ISO and |EC maintain terminologicall.databases for use in standardization at the|following
addresses:
e |EC EJectropedia: available at http://www.electropedia.org/

e |SO Qnline browsing platform: available at http://www.iso.org/obp
3.2 Gepneral terms_and definitions

3.21
base of the luminhaire
mounting| surface of the luminaire in normal use, usually the side opposite of the optical
window

3.2.2

clock frequency

fundamental frequency of any signal used in the EUT excluding those generated inside an
integrated circuit (IC) and which are solely used inside the same IC without being accessible
outside that IC, and excluding those used exclusively for radio transmission or radio receiving
functions

Note 1 to entry: High frequencies are often generated inside integrated circuits (IC) by phase-locked-loop (PLL)
circuits from lower clock oscillator frequencies outside the IC.

1 This edition was replaced by ISO/IEC 17025:2017 but the listed edition applies.
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3.2.3

ELV

extra-low voltage

voltage which does not exceed 50 V AC or 120 V ripple free DC between conductors or
between any conductor and earth (voltage band 1 of IEC 60449) applied to load interfaces
supplying power to lighting equipment, excluding interfaces used for communication or data
transfer

Note 1 to entry: Ripple free is conventionally defined for sinusoidal ripple voltage as ripple content of not more
than 10 % RMS: the maximum peak value does not exceed 140 V for a nominal 120 V ripple-free DC system.

[SOURCE: IEC 61347-1:2015 + AMD1:2017, 3.27, modified — The definition has been
rephrased.]

3.2.4
inductivg power transfer
process qgf inductive transfer of electrical energy over time from a source to- a’sepdrate load
when thege are placed in physical (but not electrical) contact or in close lpreximity with each
other

EXAMPLE:| Examples are rechargeable luminaires incorporating inductive powentransfer or electrodg¢less lamps
with inductiye power transfer.

Note 1 to eptry: If in addition a radio technology, as defined by the ITY, is“used or superimposed t¢ the power
transfer funfction of inductive power transfer equipment for the purpose~ofidata communication then th¢ applicable
standards fpr this radio technology apply.

Note 2 to eptry: Any propagation of electromagnetic energy outside of the system of inductive power|source and
load is seen as electromagnetic disturbance and therefore subject to assessment by this standard.

3.2.5
optical window
side of thge lighting equipment from which the-light emanates

3.2.6
primary flunction
function df an equipment which is.defined as such by the manufacturer

3.2.7
secondary function
any functjon of an equipment not being essential for fulfilling the primary function, defined by
the manufacturer

3.2.8
test arrangement
specific aL-angemenfoFﬂw—EH%caHmﬂnﬂmﬁanreqmmenfduﬁng-ﬂwﬂeﬁ—

3.3 Terms and definitions related to equipment

3.3.1
advertising sign
unit which makes use of lighting for advertising, traffic signage, road signs or alike

3.3.2

ancillary equipment

transducers (e.g. current and voltage probes and artificial networks) and other equipment
(e.g. cables, preamplifier, attenuators, filters, adapters) connected to a measuring receiver or
to the EUT and used in the disturbance signal transfer between the EUT and the measuring
receiver

Note 1 to entry: Within CISPR publications various different definitions are given for associated, auxiliary and
ancillary equipment. The definitions given in this document are based on CISPR 16-2-3. See also 3.3.3 and 3.3.4.
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Note 2 to entry: See also Figure 2.

[SOURCE: CISPR 16-2-3:2016, 3.1.2, modified — Examples in the definition and Notes to
entry have been added.]

3.3.3

associated equipment

AE

apparatus, that is not part of the system under test, but needed to help exercise the EUT

EXAMPLE: Equipment to generate lighting control signals.

Note 1 to entry: See also Figure 2.

[SOURCE: CISPR 16-2-3:2016, 3.1.5, modified — The example and Note 1 to entry)fjave been
added.]

3.3.4
auxiliary|equipment
AuxEq
peripheral equipment that is part of the system under test

EXAMPLE:| In CISPR TR 30-1 or CISPR TR 30-2, the reference luminaire, in“case a ballast or driver is|tested.

Note 1 to emtry: See also Figure 2.

[SOURCE: CISPR 16-2-3:2016; 3.1.6, modified — Thexexample and the Note to eptry have
been added.]

3.3.5
controlgear
electrical|device between the supply and\one or more light source(s) which may| serve to
transform| the supply voltage, limit the(current of the light source(s) to the requirpd value,
provide slgarting voltage and preheating current, prevent cold starting, correct power factor,
reduce radio interference, include:means for dimming, and further control functions

Note 1 to emtry: This definition deviate's from IEC 60598-1.

[SOURCE: IEC 62504:2014; 3.6.1, modified — The abbreviation ‘LED’ in the term is| removed
and variolus modifications’in the definition.]

3.3.6
decorative lighting
equipmer]t that’emits light for atmospheric, artistic or ambiance purposes

3.3.7

double-capped lamp adapter

component designed to be installed into luminaires which are constructed for lamps of one
tube diameter (according IEC 60081 and IEC 61195) and one specific tube length for the
purpose of allowing them to receive lamps of another tube diameter or another tube length
instead

Note 1 to entry: A lamp adapter may incorporate a switch or a fuse or an electronic lamp controlgear for HF lamp
operation.

3.3.8

double-capped self-ballasted lamp

unit which cannot be dismantled without being permanently damaged, provided with one or
more light sources and two lamp caps and any additional elements necessary for starting and
stable operation of the light source
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Note 1 to entry: See Notes 1 and 2 to entry given in 3.3.21.

3.3.9

double-capped semi-luminaire

unit similar to a self-ballasted lamp but designed to utilize a replaceable light source and/or
starting device

Note 1 to entry: Semi-luminaires for compact fluorescent lamps and for incandescent lamps, sometimes called
adapters, are devices equipped, on the one side, with an IEC 60061-1 standardized lamp cap to allow mounting in
a standard lampholder and, on the other side, with a lampholder to allow the insertion of a replaceable light source.

Note 2 to entry: The light source component and/or starting device of a semi luminaire is readily replaceable.

Note 3 to entry: For gas-discharge technologies, the ballast component is not replaceable and is not disposed of
each time a light source is replaced.

3.3.10
double-chpped retrofit lamp
tubular Igmp applying a technology alternative to fluorescent technology @nd” which can be
used as p replacement for double-capped fluorescent lamps without requiring any internal
modification in the luminaire and which, after installation, maintains the“same level| of safety
of the replaced lamp in the luminaire

Note 1 to eptry: The replacement of a glow starter according to IEC 60155 ‘with LED replacement starter having
the same dimensions and fit, for the correct functioning of the double-capped LED lamp is not cons|dered as a
modificatiorn) to the luminaire.

3.3.11
electrodeless lamp
gas discharge lamp in which the power required to generate light is transferred from outside
the lamp pnvelope to the gas inside via an electricror magnetic field

3.3.12
equipment-under-test
EUT
equipmert in the scope of this document subjected to EMC (emission) compliance (gonformity
assessment) tests

EXAMPLE:| The EUT may be a luminaire including lamp(s), a self-ballasted lamp, a rope light or a modjle.

Note 1 to emtry: See also Figure 2.

[SOURCE: CISPR 46-2-3:2016, 3.1.14, modified — Definition is modified and the exgmple and
Note 2 tolentry have'been added.]

3.3.13
lamp
unit containing one or more light sources and one or two standardised caps for interfacing

3.3.14
LED light source
device containing an LED or collection of LEDs used for the purpose of illumination

3.3.15
light source
device emitting light produced by a transformation of electrical energy

Note 1 to entry: Lighting equipment emits light in the range from visible wavelength 400 nm to 780 nm.

[SOURCE: IEC 60050-845:1987, 845-07-01, modified — The definition has been rephrased
and the Note to entry has been added.]
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3.3.16

lighting equipment

device which can be used as an independent unit to illuminate a scene, objects or their
surroundings so that they can be seen, and modules designed to be used in or with such
device or assembly of devices

Note 1 to entry: Examples of lighting equipment are luminaires, self-ballasted lamps, ELV-lamps and modules
which are used for general purpose lighting, street/flood lighting intended for outdoor use, lighting installed in or on
transport vehicles and which is not in the scope of CISPR 12.

[SOURCE: IEC 60050-845:1987, 845-09-01, modified — The definition has been rephrased.]

3.3.17

luminaire
lighting equipment which distributes, filters or transforms the light transmitted, from one or
more lamjps or light sources and which includes all the parts necessary for supporting, fixing
and protecting the lamps, but not usually the lamps themselves, and, where,necessary, circuit
auxiliaries, together with the means to connect them to the supply, the driver, confrol units,
cabling, Housing and mounting are included

Note 1 to eptry: This definition comes from the definition given in the luminaire_praduct standard IEC [60598-1. In
the latter sfandard a luminaire does not include a lamp, unless the lamp is ah integral part. For the|purpose of
emission tepting in this document however, a luminaire always contains a lamptor a light source or resistive load.

[SOURCE: IEC 60598-1:2014, 1.2.1, modified — The definitioh has been rephrased.]

3.3.18

module
electroniq or electrical part which serves a .specific function or functions of a lighting
applicatign and may contain radio-frequency sources, which is intended for application in a
luminaire|or in an installation by an end usér and which is intended to be marketed and/or
sold sepdrately from a lighting apparatus of'system

Note 1 to emtry: Examples are: self-ballasted lamp, starter, controlgear, wall dimmer, control unit, LED|module.

3.3.19
passive EUT
equipmer|t which, by its inherent nature and physical characteristics such as aljsence of
active and fast variation~oF switching of currents or voltages, is incapable of geng¢rating or
contributing to electromagnetic emissions which exceed a level allowing radio regeption to
happen ap intended

Note 1 to eptry: _Atpassive EUT is not likely to produce any electromagnetic disturbances. See 6.2.

Note 2 to entry:, Mains rectifier diodes and an electronic starter that is only active during the starting phase is
considered teo-be-apassive-somponent:

3.3.20

restricted ELV lamp

ELV lamp with specific restrictions on the type of power supply and/or the cable length that
can be applied to it, as provided or specified by the manufacturer

Note 1 to entry: ELV lamps without detailed description of restrictions are non-restricted.

3.3.21

self-ballasted lamp

self-contained unit incorporating a light source and any additional elements that may be
necessary for starting and ensuring a stable operation of the light source which cannot be
dismantled without being permanently damaged and which is connected to a lamp holder or
luminaire via one or two IEC 60061-1 standardized lamp caps

Note 1 to entry: The light source component of a self-ballasted lamp is not replaceable.
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Note 2 to entry: For gas-discharge technologies, the ballast component is part of the self-ballasted lamp; it is not
part of the luminaire.

Note 3 to entry: The term “self-ballasted lamp” is used as a general term for designating all lamps that can
operate independent of other external accessories or auxiliary equipment, except for a lampholder. This includes
gas-discharge technologies as well as LED and OLED technologies.

[SOURCE: IEC 60598-1:2014, 1.2.59, modified — The definition has been rephrased, Notes 2
and 3 to entry have been modified and Note 4 to entry has been deleted.]

3.3.22

semi luminaire
device (sometimes called adapter) equipped, on the one side, with any IEC-standardised lamp
cap system to allow mounting in a standard lampholder and, on the other side, with a
lampholdertoattow theimsertiomofaTeptaceabtetight sourcewithratap

3.3.23
UV and IR radiation equipment
optical radiation equipment operating at a wavelength between 780 nm t6.™1 mm or 1 nm to
400 nm

EXAMPLE:| Examples are appliances used for medical and cosmetic care, and for instant zone heating

[SOURCE: IEC 60050-731:1991 + AMD1:2016, 731-01-05 ,and" 731-01-06, modified — The
definitiong have been combined.]

3.4 Terms and definitions related to interfaces and ports

3.41
AC electric power supply interface
connectign point to an external AC electrical supply network

3.4.2
communjcation/data/network interface
point of cpnnection for data and signalling transfers intended to interconnect widely flispersed
systems yia such means as direct.connection to multi-user telecommunications netwprks (e.g.
local aregd networks like Ethernet, token ring, etc.)

3.4.3
control interface
point at which a canductor or cable is attached to the lighting equipment for the plrpose of
controlling the function of the equipment

3.4.4
DC electrie-pewersupply-interface
connection point to an external DC electrical supply network

3.4.5

electric power supply interface

connection point at which a conductor or cable carrying the primary electrical power needed
for the operation (functioning) of the lighting equipment is connected, and through which also
conducted electromagnetic disturbance may couple to the electromagnetic environment

Note 1 to entry: It is possible to connect cables to such an interface for transmission of electric power from DC
and/or AC mains power distribution systems which has a topology such that an electromagnetic disturbance easily
couples to the electromagnetic environment.

3.4.6

enclosure port

artificial non-intentional wireless interface of the lighting equipment through which
electromagnetic disturbances can radiate into the environment
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Note 1 to entry: Based on IEC 61000-6-3:2006/AMD1:2010, 3.1.2.

Note 2 to entry: The artificial interface can consist of for instance seams and apertures in the physical metallic
enclosure, but also limited lengths of each of its wired interfaces. In the frequency range above 30 MHz typically
one third of a wavelength of the length of the wired interfaces can contribute to radiated disturbances. Therefore,
also included are wired interfaces to auxiliary equipment which are intended to be connected with cables of less
than 3 m length.

3.4.7

electrical interface

connection point of equipment at which a conductor or cable is attached for various purposes
such as powering, control or communication

EXAMPLES: See Figure 3.

3.4.8 l

functional earth
terminal |of equipment intended for connection to an external grounding)‘conductor for
functional| and/or electromagnetic compatibility purposes

3.4.9
load intefface
connectign point of the lighting equipment providing electrical( energy to anothefr item of
lighting equipment

3.4.10
local wired port
interface pof the lighting equipment which directly connects to cables that are not corlnected to
a networl and have a length greater than or equalto 3 m, or that are indirectly connécted to a
network Via auxiliary equipment

EXAMPLE:| Examples are, the electrical power supply interface of ELV lamp, an interface of g driver for
connecting |a long (> 3 m) load cable with a light source, a control interface of a sensor for connecfing a short
(< 3 m) confrol cable with an AC mains-fed luminaire. See Annex D for examples.

Note 1 to eftry: Such a port can emit electromagnetic disturbances.

3.4.11

network
electrical|installation consisting of equipment and interconnecting cables or wiring for the
transmisgion and distribution of electrical power, electrical signal for data transmission or
communig¢ation or alike

3.4.12
port
particular| “Category of an interface of an EUT which provides a coupling [path for
electromagnetic disturbances from the EUT into the electromagnelic environment specific for
that category

Note 1 to entry: See Figure 1.
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Enclosure port

Wired network ports —— EUT

Local wired ports

IEC

NOTE The enclosure port may include other wired interfaces, with lengths less than 3 m (see 3.4.6).

3.4.13

Figure 1 — EMC-ports of an EUT

protectivie earth

equipmern

electrical

3.4.14

shock in case of a fault

wired network port

t terminal intended for connection to an external conductor for pretectio

n against

onnected
pupled to

wired intgrface of the lighting equipment which connects to cables that are directly @
to a network and through which conducted electromagnetic disturbances may be ¢
that netwprk
3.5 Abpreviated terms

AAN artificial asymmetrical network

AC alternating current

AE associated equipment

AMN artificial mains network

AuxEq auxiliary equipment

CDNE Coupling Decoupling Network Emission

CISPR Comité International_Spécial des Perturbations Radioélectriques

CM common mode

CP current probe

CVP capacitivewoltage probe

dB decibel

DC direct current

DALI Digital Addressable Lighting Interface

DM differential mode

E earth terminal

ELV extra-low voltage

EMC electromagnetic compatibility

EUT equipment under test

FAR fully anechoic room

FE functional earth

GHz gigahertz

GU10 glass U-shaped housing and cap of a multifaceted reflector (MR) light bulb

Hz hertz

IEC International Electrotechnical Commission

IEV International Electrotechnical Vocabulary
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IR infrared

ISM industrial, scientific and medical
ISN impedance stabilization network
ITE information technology equipment
ITU International Telecommunication Union
kHz kilohertz

L line

LAN local area network

LED light emitting diode

LLAS targetoop-antenna-system

MHz megahertz

MA microampere

uF microfarad

VAY microvolt

N neutral

N.A. not applicable

nF nanofarad

OATS open area test site

OLED organic light emitting diode

PE protective earth

PWM pulse width modulation

RF radio frequency

RGP reference-ground plane

SAC semi anechoic chamber.

SSL solid state lighting

TEM transverse electromagnetic

TR technical report

uv ultraviolet
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Test/measurement equipment

_______________________________

Measurement receiver of
disturbance signals

Boundary of the measurement or
test environment (either
conducted or radiated)

Ancillary equipment (transducer
to measure, couple or decouple
a disturbance)

Test facility

IEC 2018

Site or chamber which creates a
specified measurement or test

either conducted or radiated test)

(to exercise E

\

2/ System under test
A

Equipment under test

JT)

— \AE

Auxiliary'equipmen
EUT || AuxEq e— 1 (tocreate a'host system 4

\

L representative test enviror]
AUXEQ /:( of the EUT)

Figu

4 Limi

4.1 Gepheral

The requ
ports tha
local wirg
of an EUT

Disturban
detectors
limits ov
detectors
detector,

both limit
frequency

re 2 — Generic depiction of the definitions of test-,"ancillary-, auxiliary-

(definitions given in CISPR/16-2-3)

s

rements for an EUT are givenyin this clause on the basis of three poss
can apply to each of the [EUT interfaces: enclosure port, wired network
d port. The port classification and the application of limit for each possible
[ is specified in Clause( and in Clause 6.

ce limits are speecified for specific types of detectors, i.e. quasi-peak o
(see the specification of the CISPR receiver in CISPR 16-1-1). If the ¢
br a specifié\ frequency range are specified for both quasi-peak and
providedthe disturbance levels of the EUT are measured using the q
and ar€g found to meet the average limits, then, the EUT shall be deeme
5 andthe measurement with the average detector need not to be carried o
range.

1
1
1
1
1
1
! e .
@ | conditions or environment (for
1
L
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ssociated equipment w.r.t. EUT and the test/measurement environmentt

nd/or
ment

IEC

and

ible EMC
port, and
interface

average
pplicable
average
Lasi-peak
j to meet
it for that

In case different methods with associated limits can be applied, the test report shall state
which method and corresponding limits were used.

NOTE The limits in this document have been determined on a probabilistic basis. In exceptional cases, additional
provisions are required.

4.2 Frequency ranges

In 4.3, 4.4 and 4.5, limits and measurement methods for radio disturbance characteristics are
given as a function of frequency range. No measurements need to be performed at
frequencies where no limits are specified.
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4.3 Limits and methods for the assessment of wired network ports
4.3.1 Electric power supply interface
The limits and measurement method for the assessment of conducted disturbance voltages at

the AC or DC electric power supply interface terminals for the frequency range 9 kHz to
30 MHz are given in Table 1.

Table 1 — Disturbance voltage limits at the electric power supply interface

Frequency range Limits 2 Method
dB(nV)
Quasi-peak Average
9 kHz to 50 kHz 110 -
b

50 kHz to 150 kHz 90 to 80 - CIPR 16-2-1 and
150 kH{ to 0,5 MHz 66 to 56° 56 to 46° 83
0,5MHz to 5,0 MHz 56° 46°

5 MHz to 30 MHz 60 50

a8 At the fransition frequency, the lower limit applies.

b The limit decreases linearly with the logarithm of the frequency in the,rahges 50 kHz to 150 kHz and 150 kHz
to 0,5 MHz.

¢ For lighting equipment incorporating exclusively electrodeless{lamps, the limit in the frequency range of
2,2 MHz to 3,0 MHz is 73 dB(nV) quasi-peak and 63 dB(uV) average.

4.3.2 Wired network interfaces other than power supply

The limit§ and measurement methods for_the assessment of conducted disturbancg voltages
at wired [network interfaces other than~power supply for the frequency range 1%0 kHz to
30 MHz are given in Table 2 and Table 3.

Either of |the methods and the associated limits from Table 2 or Table 3 can be 3gpplied to
demonstrpte compliance.

Table 2 — Disturbance voltage limits at wired network
interfaces other than power supply

Freqyency range Limits Method
(MHz) dB(nV)
Quasi-peak Average
0,15t0 0,50 84to 74 7410 64 CISPR 16-2-T and 8.4
0,50 to 30 74 64

NOTE 1 The limits decrease linearly with the logarithm of the frequency in the range 0,15 MHz to 0,5 MHz.

NOTE 2 The disturbance voltage limits are derived for use with an artificial asymmetrical network (AAN) which
presents a common mode (asymmetric mode) impedance of 150 Q to the measured interface.
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Table 3 — Disturbance current limits at wired network
interfaces other than power supply
Frequency range Limits Method
(MHz) dB(pA)
Quasi-peak Average
0,15 to 0,50 40 to 30 30 to 20 CISPR 16-2-1 and 8.4
0,50 to 30 30 20

NOTE 1

The limits decrease linearly with the logarithm of the frequency in the range 0,15 MHz to 0,5

MHz.

NOTE 2 The disturbance current limits are derived for use of a common mode (asymmetric mode) impedance

of 150 Q. Hence the conversion factor applied is 20 log(150) = 44 dBQ.
4.4 Limits and methods for the assessment of local wired ports
This stangard differentiates between two categories of “local wired port”. These are:
a) EUT ipterface that indirectly connects to a network, via auxiliary-equipment (thig includes
the electrical power supply interface of ELV lamps);
b) EUT ihterface that does not connect to a network, directly or_indirectly, and whi¢h can be
connected to cables having a length equal to or greater than"3 m.
For thes¢ two sub-categories of “local wired port”, as’ listed above, limits for donducted
disturbanges are prescribed in this subclause.
The limitg and measurement methods for the assessment of conducted disturbancg voltages
of local wired ports for the frequency range 9 kHz to 30 MHz are given in Table 1| Table 4,
Table 5 and Table 6.
The limitd and methods applicable to the’electrical power supply interfaces of ELV lamps are
given in Table 1 and Table 4, for restricted and non-restricted ELV lamps, respectiyely, with
additional requirements for the testimethod in 6.4.7.
Tablg 4 — Disturbance «voltage limits of local wired ports: electrical power slipply
interface of non-restricted ELV lamps
Frequency range Limits 2¢4d Method
dB(nV)
Quasi-peak Average
9 kHz te 50 kHz 136 -
50 kHz to 150 kHz 116 to 106° - CISPR 16-2-1 and
150 kHz to 0,5 MHz 92 to 82° 82 to 72° A.5.1
0,5 MHz to 5,0 MHz 82 72
5MHz to 30 MHz 86 76
a8 At the transition frequency, the lower limit applies.

to 0,5

MHz.

The limits in this table apply if no 26 dB attenuator is applied (see Figure A.3).

Disturbance voltage limits for restricted ELV lamps are given in Table 1 (see 6.4.7).

The limit decreases linearly with the logarithm of the frequency in the ranges 50 kHz to 150 kHz and 150 kHz

The limits and methods given in Table 5 or Table 6 shall be applied to local wired ports other
than electrical power supply interfaces of ELV lamps.


https://iecnorm.com/api/?name=35d24fbee616a3315a417347a006c2d1

CISPR 15:2018 © IEC 2018 - 23 -

Table 5 — Disturbance voltage limits at local wired ports: local wired ports

other than electrical power supply interface of ELV lamp

Frequency range Limits Method
MHz dB(nV)?
Quasi-peak Average
P 9 CISPR 16-2-1 (voltage
0,15 to 0,50 80 70 probe method)
See 8.5.2.2
0,50 to 30 74 64
a8 At the transition frequency, the lower limit applies.

other than electrical power supply interface of ELV lamp

ble 6 — Disturl ¢ limits. at local wired ports: local wired ports

Frequ

ency range Limits Method
MHz dB(pA)

Quasi-peak Average

0,1

5to 0,50 40 to 30 30 to 20
50 to 30 30 20

See 8.5.2

CISPR 16-p

NOTE 1

NOTE 2
of 150 Q,

The limits decrease linearly with the logarithm of the frequency in¢the range 0,15 MHz to 0,5

The current disturbance limits are derived for use of a comimon mode (asymmetric mode) i
Bnd the conversion factor applied is 20 log(150) = 44 dBQO.

MHz.

mpedance

4.5 Lin
4.51 ¢

This sub
frequency

4.5.2 i

Radiated

Table 8 aphd Table 9.

The limits
system (L
level arou
is given fi

nits and methods for the assessment‘of the enclosure port
SGeneral

Clause gives radiated disturbance limits for the enclosure port as a fu
range.

Frequency range 9 kHzto 30 MHz

field disturbancelimits in the frequency range of 9 kHz to 30 MHz are

in Table8™are expressed in terms of a current measured in a large loof
LAS)_as-specified in CISPR 16-1-4. This current is a measure for the mag
nd therEUT. This limit, applicable for the quasi-peak detector of the CISPR
prithree different sizes of large loop antenna systems in the frequency rar

to 30 MH

nction of

given in

-antenna
hetic field
receiver,
ge 9 kHz

The range of maximum dimensions of the EUT for each of the three loop-antenna diameters is
given in Table 7.

For EUT dimensions larger than 1,6 m, the limits given in Table 9 associated with the

magnetic

field loop antenna measurement method specified in 9.3.3 can be applied.

The limits in Table 8 and Table 9 provide different options. In any situation where it is
necessary to verify the original measurement results, the measuring method originally chosen
shall be used in order to ensure consistency of the results. The test report shall state which

method w

as used and which limits were applied.
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Table 7 — Maximum EUT dimension that can be used
for testing using LLAS with different diameters

Maximum dimension of the EUT, D Loop antenna diameter
m m
D<1,6 2
D<26 3
D<3,6 4

IEC 2018

Table 8 — LLAS radiated disturbance limits in the frequency range 9 kHz to 30 MHz

Frgquency range Quasi-peak limits for three loop diameters Method
dB(nA)
2m 3m 4m
9 kHz| to 70 kHz 88 81 75
CISPR 16-2-3
70 kHz to 150 kHz 88 to 582 81 to 512 75 to 4562
and 9.3.2
150 kHg to 3,0 MHz 58 to 223 51 to 152P 45{0,92
3,0 MHz to 30 MHz 22 15 to 16° 9to 12¢
a8 Decregsing linearly with the logarithm of the frequency.
b For lighting equipment incorporating exclusively electrodeless lahips, the limit in the frequency range of
2,2 MHz to 3,0 MHz is 58 dB(pA) for 2 m, 51 dB(pA) for 3 m andi45'dB(unA) for 4 m loop diameter.
¢ Increaging linearly with the logarithm of the frequency.
4.5.3 Frequency range 30 MHz to 1 GHz
Radiated{field disturbance limits and measurement methods in the frequency range gf 30 MHz

to 1 GHz

Table 10

measurement results, the measuring method and measuring distance originally chg

provides different options»'In any situation where it is necessary to verify th

are given in Table 10 in terms.of quasi-peak values of the electric field component.

e original
sen shall

be used ih order to ensure consistency of the results. The test report shall state whigh method
was used|and which limitsiwere applied.
Table 9 — Loop antenna radiated disturbance limits in the frequency range 9 kHz to
30 MHz for equipment with a dimension > 1,6 m
Frequendy range Limits at 3 m distance Method
MHz Quasi-peak
dB(pA/m)
0,009 to 0,070 69
0,070 to 0,150 6910 39°
9.3.3
0,150 to 4,0 39t032P
4,0 to 30 3
28 For lighting equipment incorporating exclusively electrodeless lamps, the limit in the frequency range of
2,2 MHz to 3,0 MHz is 39 dB(uA/m).
b Decreasing linearly with logarithm of frequency.
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Table 10 — Radiated disturbance limits and associated measurement methods
in the frequency range 30 MHz to 1 GHz

Testing method @ Reference ¢ Frequency range Quasi-peak limits ¢
MHz
OATS or SAC CISPR 16-2-3 30 to 230 30 dB(pV/m)
at 10 m distance 230 to 1 000 37 dB(pV/m)
OATS or SAC CISPR 16-2-3 30 to 230 40 dB(pV/m)
at 3 m distance 230 to 1 000 47 dB(pV/m)
FAR CISPR 16-2-3 30 to 230 42 to 35 € dB(uV/m)
at 3 m distance 230 to 1 000 42 dB(pV/m)
TEM-waveguide ° IEC 61000-4-20 30 to 230 304dB|uV/m)
230 to 1 000 37 dBfuV/m)
CDNE method ¢ f CISPR 16-2-1 30 to 100 64 to 54[° dB(upV)
100 to 200 54 dB(pV)
200 to 300 54 to 51(¢ dB(pV)

a8  Any of|the methods and the associated limits can be applied to demonstrate compliance.

b The THM-waveguide is limited to EUTs without cables attached and with-a-maximum size accordirlg to 6.2 of
IEC 61P00-4-20:2010 (the largest dimension of the enclosure at, 1"GHz measuring frequengy is one
wavelepgth, 300 mm at 1 GHz).

¢ The CDPNE method and the associated limits up to 300 MHz<{can be only applied for EUTs |with clock
frequercies below or equal to 30 MHz. In such a case, the product is deemed to comply with the requirements
betweein 300 MHz and 1 000 MHz. The CDNE-limits between*200 MHz and 300 MHz specified in Table 10 are
more sfringent than the limits given in CISPR 15:2013. An increasing margin (up to 10 dB at 304 MHz) has
been dpplied between 200 MHz and 300 MHz. If the \CDNE test fails, then any of the other mgthods and
associated limits can still be applied 2.

d At the {ransition frequency, the lower limit appliesf
€ The linfit decreases linearly with the logarithmof the frequency.

f The EUYT size limitation of CISPR 16-2-1.does not apply. For the CDNE method, the largest dimendions of the
EUT afe 3mx1mx1m (/I xwx h).The CDNE restrictions apply to the EUT only, and not the w{ring or the
total dmension of the system undef test, see Figure 2.

9 See al§o 9.3.4.

5 Application of'the limits

5.1 Geheral

The applicability of limits for EUTs is given in Clause 5. Additional guidelines/requirements for
the applicability of the Timits to specific kinds of EUTs are given in Clause 6. See Figure 4.

The general operational conditions for the EUT are given in Clause 7. The measurement
methods for conducted and radiated disturbances are specified in Clause 8 and Clause 9.

5.2 Identification of the interfaces subject to test

If the EUT does not fall in one of the categories specified in Clause 6, then the applicable test
cases for the various EUT interfaces shall be derived as follows.

First, the EMC-relevant physical properties of the EUT and its wired interfaces are to be
determined; see Figure 3 for guidance. For each wired interface in turn a decision is then
made as to whether it is connected to a network in a direct way, indirect way or not at all.
Once the types of interface and possible connections are known, each interface is allocated to
one of the three possible standardised EMC ports as detailed below:
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e enclosure port;
e wired network port;

e local wired port.

The applicable test method, associated test arrangement and limits shall then be selected for
each interface in turn, depending upon its port classification and, as per the requirements in
5.3.

5.3 Application of limits to the interfaces

5.3.1 General

A flow chart dcp;\,t;lly the—decision Process for-the app:;uat;un ofHmits—is y;vcll 1 rly ure 4.

5.3.2 Conducted disturbance requirements for the wired network port

5.3.2.1 Conducted disturbance requirements for the electrical power-supply
interface

The distyrbance voltage limits and measurement method of theZelectrical powér supply
interfaceg in the frequency range 9 kHz to 30 MHz are given in Table 1.

These linfits apply for electrical power supply interfaces that\are directly connected t¢ a power
supply ngtwork (Figure 4).

5.3.2.2 Conducted disturbance requirements for'wired network interfaces other than
power supply

The limit$ specified in this subclause apply-for wired network interfaces other than power
supply that are directly connected to a network (Figure 4).

The distdrbance voltage limits and ‘measurement method of wired network interfages other
than power supply (e.g. for commuinication or data transfer) in the frequency range 160 kHz to
30 MHz are given in Table 2 foer)use with an artificial asymmetrical network (AAN). If no
coupling jhetwork is available_for the interface in question, then the current limitg given in
Table 3 spall be applied using*the current measurement method given in 8.4.

5.3.3 Conducted disturbance requirements for local wired ports
These linits apply for interfaces of the following type (Figure 4):

1) indireftly ‘connected to a network via other equipment, including power supply inferface of
ELV lamp;

2) not connected to a network and with a length greater than or equal to 3 m.

For local wired ports other than power supply interface of ELV lamp, the disturbance voltage
or the disturbance current limits given in Table 5 or Table 6 shall be applied using the
measurement methods given in 8.5.2.2 and 8.5.2.3. The method of measurement and the
applicable limits for the power supply interface of ELV lamp are described in 6.4.7.

NOTE Interfaces that are not connected to a network and with a length less than 3 m are assessed through the
enclosure port test. Nonetheless, the electrical power supply interface of ELV lamp is always subject to conducted
emissions test, as per 6.4.7.

5.3.4 Radiated disturbance requirements for the enclosure port
5.3.4.1 Frequency range 9 kHz to 30 MHz

Radiated-field disturbance limits in the frequency range of 9 kHz to 30 MHz (Table 8 or
Table 9) apply to the enclosure port of the EUT. However, the EUT needs to be tested for
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radiated emissions within 9 kHz to 30 MHz only if the application, construction or technology
of the EUT can cause large magnetic dipole moments. In case of doubt, or if no such
information is available then the test is to be done. A large dipole moment is obtained if a
substantial disturbance current is running in a loop that encompasses a large surface, such as
(but not limited to) the following cases:

— the manufacturer allows external wired interfaces connected to the EUT by single-
conductor cables;

— the EUT applies internal single-conductor and separated interconnect wiring (or PCBs
tracks) that cause loops and an associated magnetic dipole;

— EUTSs that apply technologies with inductive power transfer.

EXAMPLES Luminaires that have separated supply lines; electrodeless lamps with inductive power transfer and
rechargeable luminaires incorporating inductive power transfer are considered to be equipment with Iar?e magnetic
dipole momjents. DC-fed LED light sources and magnetic 50 Hz or 60 Hz wound ballasted luminairesiaie examples
of lighting equipment that are considered to have very small dipole moments and therefore do\not |need to be
tested.

If the EUT is incapable of generating a large magnetic dipole moment, thenno test ig required
and the BUT is deemed to comply with the radiated-field disturbance-limits in the frequency
range of § kHz to 30 MHz.

5.3.4.2 Frequency range 30 MHz to 1 000 MHz

The EUT| shall be evaluated for radiated emissions in the~30 MHz to 1 000 MHz |[range by
testing infaccordance with one of the methods in Table 10.

When thg CDNE method is used and all clock frequencies of the EUT are below orf equal to
30 MHz, then the product is deemed to comply,with the requirements between 300{MHz and
1 000 MHz if the emissions comply with the limits in the 30 MHz to 300 MHz frequency range
as specified in Table 10.

5.3.5 IEultipIe interfaces of the same type

Where the EUT has more than one€ interface of the same type, they shall be selected for
testing aq follows:

o if there are multiple similar interfaces connected to the same card or module, [then it is
accepftable to assess one of those interfaces;
e wherg there areports of the same type on different cards or modules, then it is agceptable
to assless onertypical port on each card or module types.

The aboVe is(applicable to conducted emissions measurements on network ports [and local
wired poris‘anhly.

The test report shall identify the ports assessed. All other interfaces and ports are deemed to
comply with the applicable limits in CISPR 15 provided the above requirements were followed
in selecting the ports for testing and provided all tested ports were demonstrated to be
compliant with the applicable limits of CISPR 15.

5.3.6 Interfaces that can be categorised as multiple types of ports

If a single interface satisfies the definition of more than one type of port defined in this
publication, it is subject to the requirements that apply for each of the port types it satisfies.

EXAMPLE A power-over-Ethernet can be identified as both a wired network port (Ethernet-connection) and a
local-wired port (DC power supply). For the wired network port (Ethernet-connection), the limits in either Table 2 or
Table 3 would apply. For the local-wired port (DC power supply) the limits in either Table 5 or Table 6 apply. In this
case, the disturbance current limits of Table 3 and Table 6 are the same. The disturbance voltage limits of Table 2
and Table 5 are different below 0,5 MHz because of the different methods. In this example, the limits for either type
of port are basically the same. Broadband over power and powerline communication are other examples where the
interface in question can be categorized as different kinds of wired network ports (4.3).
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6 Product specific limit application requirements

6.1 General
This clause includes limit application requirements for specific types of lighting equipment and

shall be used in conjunction with the general requirements in Clause 5. Clause 5 applies for
equipment not listed in Clause 6 (first decision box in Figure 4).

Product specific application notes referring to particular measurement set-ups or operating
conditions are given in Annex A.

6.2 Passive EUT

A passivg EUT is deemed to fulfil the requirements of this document without furthgr testing.
Exampleg of such equipment include: luminaires suitable for incandescent damps or self-
ballasted|lamps, transformers for incandescent or self-ballasted lamps that‘do” not regulate
the voltage by means of active electronic components, luminaires fitted with°only LEDs and
passive cpmponents. Mains rectifier diodes are considered passive components.

NOTE Whegre in this document, the term "incandescent lamp" is used, all types«of incandescent lamps including
halogen lamps are meant.

EXAMPLE |[Incandescent lamps are generally also passive equipment. Although it should be noted that some
types of incandescent lamps with very long filaments can generate excessive disturbances.

EUT with|electromagnetic controlgear can be considered<to contain only passive components.
However |due to the physical characteristic of discharge lamps, further assegsment is
required.|Such equipment shall comply with the- disturbance voltage limits at the electric
power supply interface terminals given in Table(h"However, luminaires for discharge lamps
containing only passive controlgear and fitted with a power factor correction caFcitor or

suppression capacitor (at least 47 nF) across,;the mains terminals are deemed to comply with
the requifements of this document without' measurement. Compliance can be achieved by
inspection.

6.3 Rope lights
6.3.1 General

Rope lights e.g. Christinas lights, lighting chains, are used for different applicatjons both
indoor and outdoor in_the areas of general and effect lighting. Depending upon the application
and construction, {different light source or lamp technologies can be applied, e.g.
incandes¢ent lamps or LED lamps. The controlgear for rope lights can be indepg¢ndent or
integrated. Alsorope lights without controlgear are feasible.

6.3.2 Reguirements for rope lights

Rope lights with active switching electronic components shall comply with the disturbance
voltage limits at mains terminals given in Table 1 and with the radiated disturbance limits
given in Table 8 or Table 9 if applicable, and in Table 10.

The setup and test arrangements are specified in Clause A.3.

6.4 Modules
6.4.1 General

This subclause specifies how to configure a system under test in case the EUT is a module
that is intended to be marketed and/or sold separately from a lighting apparatus or system
and thus to be applied by an end user in a lighting apparatus or system.

Different types of modules can be distinguished, for example the EUT can be (Figure 5):
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e areplaceable module, for example a self-ballasted lamp, an ELV lamp or starter;

e an external module, for example an independent driver or igniter, a wall dimmer or a
remote control;

e an internal module, for example a driver;

e a mounted module, for example a light source, an adapter or a network interface card.

Internal, mounted, replaceable or external modules shall be assessed with at least one
representative host system as auxiliary equipment.

The port(s) of any module being assessed shall be terminated in accordance with 7.9. The
functions of the host that are specific to the module being assessed shall be exercised during

the mearnemems_Mnduluhmm_m_meeJ_mLLeqmemeuLs_ouh&dmumert in one
representative host are deemed to meet the requirements of this publication whendged in any

host. The|host and modules used during measurements shall be listed in the test.repprt.

The manuyfacturer of the module shall specify the host or the type of luminaire and agsociated
circuits which are suitable and representative for use with the module. This shall be |based on
analysing| various possible typical applications for the specific module/such that theg selected
host is representative of typical use in terms of mitigation of disturbances from the odule in
question.

Disturbances from auxiliary equipment (including the host).itself shall be sufficiently pelow the
applicable limit levels.

Requirements for specific types of modules are given.in 6.4.3 through 6.4.10.

6.4.2 Modules having multiple applications

Modules |whose functionality and connectivity allows them to be replaceable,| internal,
mounted jand/or external shall be tested)in each of those applicable configurations.[ Where it
can be shown that one particular/configuration provides a worst case, testing in this
configuragion is sufficient to show compliance.

6.4.3 Internal modules

For internal modules, the applicability of the limits is determined using the procesg given in
5.3. That|process shalkbe applied to each of the interfaces of the host that may bg¢ affected
by emisgions (conducted or radiated) generated by the module under test. Hor those
interfaceg of the host that are not tested, the test report shall include a justification|why they
were deemed not*'to be affected by emissions generated by the module under test.

The host at | = ! - is tested as a luminaire | ance with
Clause B.6 (F|gure B 1b) and Clause C.4 (Figure C.4) or CDNE setup according
CISPR 16-2-1.

6.4.4 External modules

For external modules the applicability of the limits is determined using the process given in
5.3 for each of the interfaces of the module.

NOTE For external modules, the host that is applied is auxiliary equipment. The disturbance is measured at the
terminals of the EUT (module under test). See for instance Clause D.3 (Case 2- application 2).

External modules as EUT are measured separately to make sure that the auxiliary equipment
(host) does not alter the measurement result (no mutual interaction). Details on the
arrangement of external modules are given in Clause B.6 (Figure B.2) and Clause C.4
(Figure C.5) or CDNE setup according CISPR 16-2-1.
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6.4.5 Single capped self-ballasted lamps

Single capped self-ballasted lamps shall comply with the disturbance voltage limits at mains
terminals given in Table 1 and with the radiated disturbance limits given in Table 8 or Table 9
if applicable, and in Table 10.

The setup and test arrangements for single capped self-ballasted lamps are specified in
Clause A.1.

6.4.6 Double-capped self-ballasted lamps, double-capped lamp adapters, double-
capped semi-luminaires and double-capped retrofit lamps used in fluorescent
lamp luminaires

Double-capped self-ballasted lamps, double-capped lamp adapters, double-capped semi-
luminaires and double-capped retrofit lamps used in fluorescent lamp luminairesishall comply
with the ¢lectric power supply interface voltage limits given in Table 1 and with) thg radiated
disturbange limits given in Table 8 or Table 9 if applicable, and in Table 10.

The test hethods are specified in Clause A.4.

6.4.7 ELV lamps

ELV lampgs shall comply with one of the following requirements:

a) Non-restricted (see 3.3.20) extra-low voltage (ELVY lamps, intended for connection to
symmletrical ELV networks, shall comply with the ¢conducted disturbance voltagess of local
wired|ports of Table 4 at the ELV interface, measured in accordance with the method
specified A.5.1, and with the radiated disturbance limits of Table 8 or Table 9 if applicable,
and in Table 10, measured in accordance with'the method specified in A.5.2.

NOTE The insertion loss of the applied contrelgear is typically 26 dB based on measurements on real
configufrations.

NOTE 2 Special care is taken that no overloading of the receiver occurs.

NOTE The 26 dB addition is notlapplied to the assessment of radiated disturbances.

b) Restricted ELV lamps (see 3.3.20) shall comply with the mains disturbance voltage limits
of Tahkle 1, measured imaccordance with the method specified A.5.1, and with th¢ radiated
disturbance limits of ;Fable 8 or Table 9 if applicable, and in Table 10, measured in
accorglance with the . method specified in A.5.2.

NOTE 4 ELV lamps/~with active electronic circuit are not intended for the connection to unsymmletrical ELV
networks.

6.4.8 $ingle-capped semi-luminaires

Single-capped semi-luminaires shall comply with the requirements given in Clause 5, with a
typical lamp satisfying the load requirements as specified in 7.4.

Single-capped semi-luminaires shall be arranged, setup and measured as a self-ballasted
lamp. The test methods are specified in Clause A.1.

6.4.9 Independent igniters

Independent igniters for fluorescent and other discharge lamps shall comply with the mains
disturbance voltage limits of Table 1, and they are tested in a circuit as described in
Clause A.6.

6.4.10 Replaceable starters for fluorescent lamps

If the replaceable starter contains active switching electronic components, it shall comply with
the mains disturbance voltage limits of Table 1, while it is applied and tested in a relevant
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host, i.e. a single lamp luminaire equipped with a lamp of the highest power rating for which
the starter is designed. The manufacturer shall specify in the operating manual the type of
luminaire and associated circuit(s) which are suitable for use with the starter. The host that
includes the replaceable starter as EUT is tested as a luminaire in accordance with
Clause B.5.

If replaceable starters incorporate a capacitor having a value between 0,005 yF and 0,02 pF
and which is connected parallel to the contact pins of the starter it is deemed to comply with
the requirements of this document without testing.

7 Operating and test conditions of the EUT

7.1  General

When measurements of disturbances of the EUT are being made, the equipmen{ shall be
operated [under the conditions specified in 7.2 to 7.9.

The EUT[is to be tested as delivered by the manufacturer under normakoperating cpnditions,
for example, as given in I[EC 60598-1 for luminaires.

The possjble special conditions given in Clause 8 and Clause-9 for the different methods of
measurernent shall be applied additionally, as appropriate.

7.2 Switching

The disturbance caused by manual or automatic operation of a switch (external or included in
equipmer|t) to connect or disconnect the mains{shall be disregarded. This includels manual
on/off swjtches or, for example, switches activated by sensors or ripple control feceivers.
However,| switches which might be operategd more often than once in a 10 seconfls period
(e.g. such as those of advertising signs) are not included in this exemption (see 7.5).

7.3  Supply voltage and frequency

The supply voltage shall be within £ 2 % of the rated voltage. In the case of a voltapge range,
measurerment shall be carried\out within + 2 % of each of the standard supply voltages of that
range given in IEC 60038.) The frequency of the mains supply shall be as rated for the
equipmer]t. EUTs that .can’ be operated from either an AC or DC supply shall be mejasured in
both conditions.

If the rated frequency range includes 50 Hz and 60 Hz, a measurement at either 50 Hz or at
60 Hz shall be performed. The emissions at the other mains frequency are then cqvered by
this measgurement.

7.4 Rated lamp load and light regulation

If the EUT has a range of lamp loads it shall be measured with the maximum rated lamp load
only.

If the EUT has the possibility to reduce the output power (dimming), the electromagnetic
disturbance of the EUT shall be measured at the maximum and minimum light output.

Phase-cut dimmers are operated in the worst case setting as determined during a pre-test.

7.5 Operating modes

If the EUT is capable of being used in different operating modes e.g. flashing, running
illumination, communication by light modulation, colour shifting, emergency, charging etc.,
then measurements shall be performed in the worst-case mode of operation.
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NOTE Multiple charge regimes can be used by some battery technologies during charging, i.e. fast, trickle, stand
by, PWM etc. for applications in torches, emergency lighting, etc.

The worst case shall be found by prescanning every mode of operation over at least one
repetition interval of the specific mode.

7.6 Ambient conditions
Measurements shall be carried out in normal laboratory conditions. The ambient temperature

shall be within the range from 15°C to 30 °C or within the range specified by the
manufacturer in the operating manual if more restricted.

7.7 Lamps

7.71 Type of lamps used in lighting equipment

Disturbance measurements of lighting equipment shall be carried out with thé)lamp [for which
the lightirlg equipment is designed.

When thg lighting equipment incorporates more than one lamp, all fahips shall be|operated
simultandously.

7.7.2 Ageing times

The light|source(s) or lamp(s) that is/are part of the EUT,/shall be stable units. Spme light
source technologies need a minimum time of ageing to reach a state where its penformance
characterjstics are stable for the purpose of this test

Unless otherwise stated in this document or ‘specified by the manufacturer, the|following
ageing times shall be applied:

— 2 h fof incandescent technologies;
— 100 hffor discharge technologies:

For LED |Jand OLED technologiés)ho ageing time is required from an EMC-testing point of
view.

7.8 Stabilization times

Prior to a measurement, the EUT including the light source(s) or lamp(s) that is (are) part of
the EUT shall be operated until stabilization has been reached. Unless otherwise|stated in
this document<oer specified by the manufacturer, the following stabilization time| shall be
applied:

— 15 minfor EUTS that do not include gas discharge technologies,
— 30 min for EUTs that include gas discharge technologies.

7.9 Operation and loading of wired interfaces
7.9.1 General

Interfaces or connections that are designated as wired ports shall be operated with typical
wiring and loads or terminations in accordance with the manufacturer’s specification. Any
transmission protocol required shall be typical for normal use and as specified by the
manufacturer.

7.9.2 Interface intended for a continuous signal or data transmission

If the interface is intended for a continuous signal transmission (e.g. PWM), the signal
transmission shall be in operation during the measurement of all ports of the EUT. A
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continuous signal or data transmission may be required to maintain the status (e.g. dimming
level) of the EUT or of the equipment connected to the EUT.

7.9.3 Interface not intended for a continuous signal or data transmission

If the transmission is not continuous or a continuous data transmission is not necessary to
maintain the status of the EUT (e.g. dimming command sent via a DALI protocol), continuous
transmission during the tests shall not be applied.

7.9.4 Load

The load of an EUT shall be applied as follows:

— load ifiterfaces which are suitable Tor both incandescent lamps and other types
equipment (e.g. self-ballasted lamps) shall be tested with non-inductive resistive
NOTE | Incandescent lamps are also considered as non-inductive resistive loads.

— load interfaces which are suitable only for lighting equipment other“than incs
lamps], shall be tested with the appropriate lighting equipment/as specifie
manufacturer.

The load Jevel requirements are given in 7.4.

8 Methods of measurement of conducted disturbances

8.1 Ge\[leral

This clalise specifies the measurement methods, EUT arrangements and pi

associate[d with the conducted disturbance measurements and include specific req

that take|precedence over those provided.in the basic standards. Details on speq

arrangemlents for conducted disturbance measurements are given in Annex B.

8.2 Melasurement instrumentation and methods

Conducte
test sites

procedures and method as indicated in the references of Table 11.

bf lighting
oads;

ndescent
i by the

ocedures
lirements
ific EUT-

d disturbances at the-different ports shall be measured by applying instrumentation,
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Table 11 — Overview of standardized conducted disturbance measurement methods

Interface Limits Frequency range Reference
CISPR 16-1-1 (receiver)
E]'fe‘i}ggepower supply Table 1 9 kHz to 30 MHz CISPR 16-1-2 (ancillary equipment: AMN)
CISPR 16-2-1 (measurement method)
CISPR 16-1-1 (receiver)
Table 2 150 kHz to 30 MHz CISPR 16-1-2 (AAN, CVP)
Wired network interfaces CISPR 16-2-1 and 8.4 (measurement
other than power supply method)
interface (e.g. for -
communication or data CISPR 16-1-1 (receiver)
transfer)
Table 32 150 kHz to 30 MHz CISPR 16-1-2 (current probe)
CISPR 16-2-1 and 8.4 (measurément
method)
CISPR 16-1-1 (receiver)
Local wireld port — . . -
electrical power supply Table 1 or 9 kHz to 30 MHz CISPR 16-1-2 (ancillary equipment: AMN)
) Table 4
interface qf ELV lamps CISPR 16-2-1and A.5.1 (measyrement
method)
CISPR16-1-1 (receiver)
Table 5 150 kHz to 30 MHz CISPR 16-1-2 (voltage probe)
Local wireld port — other CISPR 16-2-1 and 8.5.2.2 (measgurement
than the e|ectrical power method)
supply intgrface of ELV CISPR 16-1-1 (receiver)
lamps
Table 6 150 kHz to 30-MHz CISPR 16-1-2 (current probe)

CISPR 16-2-1 and 8.5.2.3 (mea
method)

urement

2 Depenfding on the EUT port under test and on,the selected test method, the applicable limit will be

Table B or both.

Table 2 or

In additiogn to the requirements.given in the basic standards, the following require
the EUT arrangement and mieasurement procedure apply.

8.3 Elgctrical powér supply interface disturbance measurement

The distufbance voltage measurement shall be performed as per the method of CISH

ments for

PR 16-2-1

at the eldctrical-power supply interface of the EUT by means of the circuits and arrangement

described in\Annex B for the relevant type of equipment. An artificial mains
50 Q / 50|pkiv+ 5 O that satisfies the requirements of CISPR 16-1-2 in both the

-network

9 kHz to

150 kHz and 150 kHz to 30 MHz frequency ranges shall be used.

8.4 Disturbance measurement of wired network interfaces other than power supply

Voltage disturbance measurements at wired network interfaces other than power supply (e.g.
for communication or data transfer) shall be carried out by means of an artificial asymmetrical
network (AAN) as specified in CISPR 32. The AAN shall be bonded to reference-ground plane
(see Annex B). The measurement method specified in CISPR 16-2-1 applies.

Current disturbance measurements at wired network interfaces other than power supply (e.g.
for communication or data transfer) shall be carried out by means of the current probe (CP)
method specified in CISPR 16-2-1. The current probe shall be in accordance with 5.1 of

CISPR 16-1-2:2014.
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Alternatively, combined voltage and current probe measurements can be applied using the
limits of both Table 2 and Table 3 and the combined CVP/CP method described in C.4.1.6.4
of CISPR 32:2015.

NOTE Only the common mode disturbance generated is being measured, as in practice disturbances from the
differential-mode control signals are negligible.

8.5 Local wired port disturbance measurement
8.5.1 Electrical power supply of ELV lamps

The method for conducted disturbance measurements at the electrical power supply interface
of ELV lamps is specified A.5.1.

8.5.2 Other than electrical power supply of ELV lamps
8.5.2.1 General

The methpds for conducted disturbance measurements at local wired ports other thap the ELV
interface pf an ELV lamp shall be as per CISPR 16-2-1 and the following{Subclauses

8.5.2.2 Voltage probe measurement method

When a yoltage probe is used for measuring voltage disturbances on local wired ports, the
measuring circuit shown in Figure B.2 shall be applied. Seé also B.3.5.

The voltage is measured between each single lead of the cable of the local wired poft and the
ground.

The voltage probe shall be as defined in 5.2 offCISPR 16-1-2:2014.

The meaguring results shall be correctedyaccording to the voltage division between the probe
and the measuring set. For this correction, only the resistive parts of the impedancg shall be
taken intq account.

The length of the coaxial cable between the probe and the measuring receiver |shall not
exceed 2|m.

8.5.2.3 Current probe measurement method

When a durrent probe is used for measuring conducted disturbances on local wired ports, the
measuring cireuit shown in Figure B.2 shall be applied. See also B.3.5.

Th P RPN N ahall ba in oncanerdo A~ witbh-B5- 41 of CICDD 448 4 25.9N4 4
€ current PTOOC—STIaiT T T aCCOoOTUaTToT Wit I 1T UT OITOoT I\ 1O 2. 20 1T,

9 Methods of measurement of radiated disturbances

9.1 General

This clause provides details on the measurement methods, EUT arrangements and
procedures associated with the radiated disturbance measurements and include specific
requirements that take precedence over those provided in the basic standards. Details on
specific EUT arrangements for radiated disturbance measurements are given in Annex C.

9.2 Intentional wireless transmitters

If intentional wireless transmitters are part of the EUT, the emission from the wireless
transmitters shall not be considered as part of the radiated disturbance (see Clause 1). This
can be done either by switching off the wireless function of the EUT (if possible and if it does
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not compromise the typical non-intentional emissions) or by ignoring the intentional radiated
emission in the corresponding frequency band.

NOTE For intentional wireless transmitters, applicability of country/region specific regulations is considered.
9.3 Measurement instrumentation and methods
9.3.1 General

Radiated disturbances at the different ports shall be measured by applying instrumentation,
test sites, procedures and method as indicated in the references of Table 12.

Table 12 — Overview of standardized radiated disturbance measurement methods

Method Limits Frequency range Reference

LLAS Table 8 9 kHz to 30 MHz CISPR 16-1-1 (receiver)

CISPR 16-1-4 (instrumentation: antennas_and test site)
CISPR 16-2-3 (measurement method)

Loop Table 9 9 kHz to 30 MHz CISPR 16-1-1 (receiver)
antenna

CISPR 16-1-4 (instrumentation® antennas and test site)
9.3.3 (measurement method)

OATS/SACQ | Table 10 | 30 MHz to 1 GHz CISPR 16-1-1 (receiver)

CISPR 16-1-4 (instrumentation: antennas and test site)
CISPR 16-2-3\(radiated measurement method)
FAR Table 10 | 30 MHz to 1 GHz CISPR 1641-1 (receiver)

CISRR'6-1-4 (instrumentation: antennas and test §ite)
CISPR 16-2-3 (measurement method)
TEM Table 10 | 30 MHz to 1 GHz CISPR 16-1-1 (receiver)

IEC 61000-4-20 (measurement method and instrumientation)
CDNE Table 10 | 30 MHz to 300 MHz CISPR 16-1-1 (receiver)
CISPR 16-1-2 (instrumentation: coupling devices —|CDNEs)
CISPR 16-2-1 (CDNE measurement method)

In addition to the requirements given in the basic standards, the following requirements for
the EUT arrangement and measurement procedure apply.

9.3.2 LLAXS radiated disturbance measurement 9 kHz to 30 MHz

9.3.2.1 Setup EUT

The magnetic component shall be measured by means of a large loop antenna system (LLAS)
as described in CISPR 16-1-4. The EUT shall be placed in the centre of the LLAS as shown in
Annex C of CISPR 16-1-4:2010. The requirements for routing the cables from the EUT and for
the positioning of the EUT inside the LLAS given in CISPR 16-1-4 shall be applied.

If the manufacturer allows external wired interfaces to be connected to the EUT by single-
conductor cables (which can cause loops and associated magnetic dipoles; see 5.3.4.1), then
the EUT shall be tested by configuring each of these external interfaces with a single-
conductor wiring having a rectangular loop with an area of 1 m2. The support plate of
Figure A.6 can be used to establish this 1 m2 loop. The system under test, i.e. the EUT
including its external interfaces arranged in one or more 1 m2 loops, shall be arranged such
that it fits within the smallest possible sphere while at the same time complying with the
following requirements:
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— distance between the EUT’s enclosure and the plane of any of its interfaces arranged in
1 m2 loops is equal to or greater than 10 cm;

— distance between the loop area of any two adjacent EUT interfaces arranged in 1 m2 loops
is equal to or greater than 10 cm.

This smallest possible sphere encompassing the EUT and its interfaces arranged in 1 m2
loops shall be placed with its centre at the centre of the LLAS.

9.3.2.2 Measurements in three directions

The current induced in the LLAS is measured in accordance with 7.2 of CISPR 16-2-3:2016.
By means of a coaxial switch, the three field directions of the EUT can be measured in
sequence. The measurement results for each direction shall comply with the limits.

9.3.3 Loop antenna radiated disturbance measurement 9 kHz to 30 MHz

The measurements are performed at 3 m distance with a 60 cm loop antenna as spgecified in
4.3.2 of JISPR 16-1-4:2010.

The following setup requirements and measurement method apply:

1) The njeasurement shall be performed on an OATS or SAC;

NOTE | Validation requirements for below 30 MHz measurements™are under development by CIBPR/A; see
IEC PAS 62825 for some guidance.

2) Height of the centre of the loop above the GRP of the OATS or SAC must be 1,3 m;

3) The Iqop antenna shall be positioned in the twoyyertical positions with respect to [the GRP,
i.e. veftical coaxial and vertical coplanar;

4) The measurement distance is to be taken-between the centre of the loop antennp and the
boundary of the EUT;

5) The EJUT shall be arranged in accordance with Clause C.4;

6) The EUT shall be rotated for each*orientation of the loop antenna and the maxinum value
recorded for each loop antenna,orientation shall comply with the limits given in Tgble 9.

9.3.4 Radiated disturbance measurement 30 MHz to 1 GHz
9.3.4.1 OATS or SAC method

The setup requiremients and test method of CISPR 16-2-3 apply when tests are made using
the radiated method on an OATS or SAR. Specifics on EUT-arrangements can beg found in
Annex C.
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9.3.4.2 FAR method

The setup requirements and test method of CISPR 16-2-3 apply when tests are made using
the radiated method in a FAR. Specifics on EUT-arrangements can be found in Annex C.

To improve the reproducibility, the mains supply cable of the EUT shall be terminated with a
CDNE (as defined in CISPR 16-1-2) positioned on the reference-ground plane (if applicable)
and the receiver port of the CDNE terminated with a 50 Q impedance.

9.3.4.3 TEM method

The setup requirements and test method of IEC 61000-4-20 apply when tests are made using
the radiated method in a TEM cell.
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9.3.4.4 CDNE-method

The setup requirements and test method of CISPR 16-2-1 apply when tests are made using
the CDNE.

10 Compliance with this document

Where this document gives options for evaluating particular EMC characteristics with a choice
of measurement methods, compliance can be shown against any of the specified limits using
the appropriate measurement method. In any situation where it is necessary to re-measure
the equipment to show compliance with this document, the measurement method originally
chosen shall be used in order to ensure consistency of the results.

NOTE If individual items of equipment from a series are tested, it can be expected that a range of re$ults will be
obtained, ifrespective of measurement uncertainty. Annex E contains information about methods’ for statistical
evaluation ¢f mass-produced equipment.

11 Measurement uncertainty

Where gyidance for the calculation of the instrumentation uncertainty of a measuftement is
specified| in CISPR 16-4-2, this shall be followed, and foer—these measurements the
determingtion of compliance with the limits in this document shall take into consideftation the
measurerment instrumentation uncertainty in accordance with CISPR 16-4-2. Calculations to
determing the measurement result and any adjustment/of/the test result required when the
test labortory uncertainty is larger than the value for g gpg given in CISPR 16-4-2 shall be

included in the test report.

12 Test|report

General fequirements of 5.10 of ISOIIEC 17025:2005 for compiling a test report apply.
Sufficient| details shall be provided to/facilitate reproducibility of the measurements. [This shall
include photographs of the EUT and:the measurement configuration where this is appropriate.

The test fleport shall include_the following information:

— dimensions of the EWUT;

— the bglow 30 MHz-radiated-field disturbance method used and the associated [imits that
have been applied (4.5.2);

— the above _30"MHz radiated-field disturbance method used and the associated [imits that
have been.applied (4.5.3);

— when ||Qing the CDNE method to show r\nmplinnr\n to 1 C.I—I?y a—statement (from the
manufacturer) that the clock frequency is below 30 MHz;

— the wired interfaces that have been assessed together with the assigned port, the method
used and associated limits (5.3);

— in case of module measurements, description and arrangement of the host and modules
used during measurements (6.4);

— the adjustment of the test result required when the test laboratory uncertainty is larger
than the value for Uggpr given in CISPR 16-4-2;

— deviations from cable length requirements, in case of conflicting lengths of cables with
other requirements on cable lengths or dimensions in the test setup (B.2.1).
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Figure 5 — Example of a host system with different types of modules
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Annex A
(normative)

Product specific application notes referring to particular
measurement set-ups or operating conditions

A.1 Single-capped self-ballasted lamps

A.1.1 Arrangement for conducted disturbance measurements

The circuit for the measurement of the disturbance voltage for a single capped lamp is shown
in Figure Brtc:

The lamplis fitted in an appropriate lampholder and mounted in a conical reference hpusing as
specified|in Figure A.2. The conical housing is positioned on the table with .40 cm| distance
from the RGP (see Figure B.1 and Figure A.3 and Figure A.4). Self-ballasted lamps with a
GU10 bayonet cap (IEC 60061-1) are to be fitted in an electrical conddctive hose-clamp type
of fixture|which makes contact with the circumference of the housing (either conductive or
non-condpctive) of the GU10 lamp near the rim as indicated in Figure A.5. The hgse-clamp
shall have a width of (9 £ 1) mm. The hose-clamp fixture is to~be connected to fthe earth
terminal ¢f the AMN. The conductive hose-clamp, together with an appropriate lanp holder,
acts as afreference luminaire for GU10 lamps.

hose-clamp to the AMN shall be of 0,8 m. The conical metal housing or the GU10’s hose-

The powi’r supply cable connecting the terminals ofsthe conical housing or of the GU10’s
clamp shall be connected to the earth terminal of the AMN.

Single-capped self-ballasted lamps havinggparticular shapes that do not fit in the conical
housing ghall be measured using a reference housing (reference luminaire) that safisfies the
requirements for a host system specified.in 6.4.1.

A.1.2 Arrangement for radiated disturbance measurements

The single capped lamp shall'be' measured when inserted in a relevant lampholder.

A.2 Sémi-luminaires

Semi-lumjnairessshall be measured with a suitable lamp having the maximum pow¢gr allowed
for it. Thg combination of the semi-luminaire (EUT) and the lamp (AuxEq) is the system under
test and |the ;combination shall be tested as a single capped lamp in accordgnce with
Clause Al4

A.3 Rope lights

A.3.1 Preparation of the EUT

The rope lights (not the mains cord, if applicable) shall be folded on the insulating support
plate as depicted in Figure A.6. The support plate consists of a square insulating plate with
dimensions (1 250 x 1 250) mm and two rows of 24 circular insulating sticks positioned as
shown in Figure A.6. The starting point (mains connection) of the rope is in the middle
between the two rows on the left side of the plate. If the length of the rope light (excluding the
mains cord) is less than 1,2 m, then no meandering on the support plate is needed and the
rope light shall be treated as a luminaire.
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A.3.2 Arrangement for conducted disturbance measurements

The insulating support (AuxEq) with the rope lights (EUT) shall be considered a luminaire and
shall be arranged as specified in Clause B.5.

A.3.3 Arrangement for radiated disturbance measurements

The insulating support (AuxEq) with the rope lights (EUT) shall be considered a luminaire and
shall be arranged as specified in C.4.2.

A.4 Double-capped lamp adapters, double-capped self-ballasted lamps,
double-capped semi-luminaires and double-capped retrofit lamps used in
fl ..

A4.1 or application in linear luminaires with electromagnetic controlgear

Double-capped lamp adapter, double-capped self-ballasted lamp, double-capped semi-
luminaire| and double-capped retrofit lamp shall be measured with the-auxiliary gquipment
specified|in Figure A.1. The EUT is inserted into a linear reference~-ldminaire as specified in
Figure A.l. The existing magnetic lamp controlgear is short-cirecuited if specified by the
manufacturer in the operating manual. The height of the lamp holders shall be such that the
distance petween the exterior of the lamp and the metal plate@s*(9 £ 1) mm for lamps having
a nomina| tube diameter lower or equal to 25 mm and (20 £4) mm for lamps having # nominal
tube diameter greater than 25 mm.

The unitd under test (EUT) shall be measured as<manufactured. For double-capped lamp
adapter and double-capped semi-luminaire, suitable lamps having the maximum power
allowed for it shall be used.

If the usel of a magnetic controlgear is required by the manufacturer in the operating manual,
the magnetic controlgear shall fulfil IEC)60921 and the parasitic capacity between line and
earth shall be less than 2 nF, as measured at or below 1 kHz. The magnetic lamp cagntrolgear
in the mgasurement set-up of Figure A.1 shall be short-circuited if the use of the [magnetic
controlgepr is not required by.the manufacturer. For conducted emissions, the cable
connecting the terminals at\the reference luminaire to the AMN shall comply|with the
requirements given in B.2-K‘and the ground terminal of the reference luminaire| shall be
connected to the earth terminal of the AMN.

A.4.2 For application in linear luminaires with electronic controlgear

For appli¢ation0f*double-capped lamp adapters, double-capped self-ballasted lampg, double-
capped gemisluminaires and double-capped retrofit lamps in luminaires with glectronic
controlgeprin operation, the requirements are to be verified using a typical host lumihaire or a
CISPR TR 30-1 reference luminaire compliant with this document.

A.4.3 For application in other than linear luminaires

Double-capped self-ballasted lamps having particular shapes (e.g. U-shaped) that do not fit in
the reference luminaire of Figure A.1 shall be measured using a reference housing that
satisfies the requirements for a host system specified in 6.4.1.

A.4.4 Measurement methods

EUT in the reference luminaire (AuxEq) is tested as a luminaire. The system under test,
including the EUT, as shown in Figure A.1 shall be used for both the measurement of the
disturbance voltages described in Clause 8 and for the measurement of the radiated
electromagnetic disturbances described in Clause 9.
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A.5 ELV lamps

A.5.1 Conducted disturbance test

ELV lamp

s shall be tested as follows:

IEC 2018

a) Non-restricted ELV lamps: The extra-low voltage terminals of the ELV lamp shall be
connected to the AMN. The mains input side of the AMN is connected to the output of a

suitab

le magnetic transformer. See Figure A.3.

b) Restricted ELV lamps: The ELV lamp shall be connected to the power supply of the same
model/type as specified by the manufacturer in the operating manual. The combination
shall be measured using the arrangement as shown in Figure A.4.

In both chses, the ELV lamp is mounted as described in A.1.1. In either case, thd
strap of the AMN shall satisfy the requirements in 5.3 of CISPR 16-2-1:2014.

A.5.2 Radiated disturbance tests

Radiated

performed in accordance with Clause 9. However, the lamp shall nat-be mounted in

metal hoy

For any assessment method of the radiated disturbances, thé following applies:

e for no

o for restricted ELV lamps, both the lamp and the specific power source shall be ag
A.6 Independent igniters

Independgnt igniters are measured in a~relevant lamp-ballast circuit. The igniter

mounted
(12+2)n
the piece
AMN. If t
that refer
is measul

disturbance measurements of an ELV lamp (as applicablef see 6.4.7)

sing.

n-restricted ELV lamps, only the lamp shall be assessed;

together with the suitable famp and ballast on a piece of insulating

of insulating material.~The plate shall be connected to the reference ea
ne device or ballast is provided with an earth terminal, it shall also be con
bnce earth. The lamp.is then started. After the stabilization time, the termin
ed.

e bonding

shall be
a conical

sessed.

shall be
material,

m thick, which shall be placed on a metal plate of dimensions slightly larger than

rth of the
nected to
hl voltage
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Dimensions in millimetres

[~~~ Isolating material

L — Metal plate

Lamp holder

EUT

Reflector fixing screw

|~ (at least 4 screws)
wzo

== Movablepéflector
(unsheathed aluminum)

— Starte_r holder: apply starter as
supplied by the manufagturer,
or short circuit

Magnetic controlgear
(MCG) or short circuit

750
a+ 180

L=

320

80

40

150

210 Typical connector

300

w7 10

Line
Ground

Neutral

< h=9x1ford <25, or
' V= h =20 £1 for d > 25

! T
<> <>
Movable reflector

IEC

Figure A.1 — Reference luminaire for double-capped lamp adapter, double-capped self-
ballasted lamp, double-capped semi-luminaire and double-capped retrofit lamp used in
linear fluorescent lamp luminaires (see A.4.1)
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Dimensions in centimetres

Thumb screw fixing -— EPSI

the tube position

inside the cone \

] i
i o
I g
T 3
4 4 X t é &
™ | Connection to PE of < £
< i “—  the AMN
{e) \ I A
o !
i Electrical bonding
‘ i
~ | k
/| LH
3\
3 square (1,0 cm x 1,0 cm cross-section)
sphcers of electrical insulating material MCH
disfributed over the circumference of the A\
MCH at 3 x 120 ° = 360° EUT ©
(to|ensure a specific clearance between ‘;
the EUT and the metal surface) Ke}
£
©
\ g
4 E
£
=
22,5° +1°
3\
\
y
|
i
i
Rim of the conical housing
aperture is positioned on the test
table IEC
Key
T Tupe: outerdiameter 1,9 cm, inner diameter 1,6 cm
LH Lamp. holder

EUT Self-ballasted lTamp under test
MCH Perforated metal conical housing, for example 5 mm squares

EPSI Electric power supply interface
NOTE 1 Tolerances in dimensions: + 1 mm, unless otherwise specified.
NOTE 2 For good reference, adjust the lamp to the position nearest to the lamp holder.

NOTE 3 For good reference, the lampholder is of insulating material.

Figure A.2 — Conical metal housing for single capped lamps (see A.1.1)
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TOP VIEW

Arrangement to be located 0,4 m from the RGP by applying a non-conductive

table
M
26 dB attenuator (optional; see NOTE 1)
EUT (lamp
‘ ELV under test)
Mains J Cable length (0,8 £ 0,05) m
1_ L i ¢ /1
=]
] N AMN N [
PE A Y
=+ l Flexible, unshielded
three core cable Metal cofe
Electrical bonding to RGP (see Figure A.P)
Reference ground plane (RGP)
IEC
Key
PS Power supply (appropriate power supply e.g. magnetic transformer or universal power supply)
Line
N Neptral
PE Pratective earth
AMN Artfficial mains network
ELV Ex{ra low voltage
M CI$PR measuring receiver
This arrangement shows a top view and~uses a horizontal reference ground plane. The same setup ¢an also be
employed at a distance of 0,4 m aside of a vertical reference ground plane (see CISPR 16-2-1 and Clajyise B.5 and
Figure B.3 ¢f this document for details of the arrangement). The AMN shall be placed on and bonded {o the RGP.
Alternatively, it can be placed-on.the non-conductive table and bonded to the RGP by means of a vely wide, low
impedance fonductor. In either.case, the bonding strap shall satisfy the requirements in 5.3 of CISPR 1$-2-1:2014.
NOTE 1 |Iflthe 26 dB attenuator is used, the limits given in Table 1 are applied. If no attenuator is usefl, the limits
of Table 4 gpply. Se€ 6¥4.7a). A 26 dB attenuator between the AMN and receiver is also for protecting the receiver

against pospible high.Signal levels at the ELV terminals.

NOTE2 T

he‘ground of the flexible unshielded cable between AMN and EUT is connected to the cd

housing.

Figure A.3 — Arrangements for conducted disturbance measurements
from non-restricted ELV lamps (see A.5.1)

nical metal
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TOP VIEW

CISPR 15:2018 © IEC 2018

Arrangement to be located 0,4 m from the RGP by applying a non-conductive table

Mains

Cable length
(0,8 £0,05) m

distance
0,1m

EUT (lamp
under test)

PE

Electrical bonding to RGP

Flexible, unshielded
cable

Reference ground plane (RGP)

(see Higure A.2)

Metgl cone

IEC

This arrangement shows a top view and uses a horizontal reference~ground plane. The same setup ¢an also be
employed aft a distance of 0,4 m aside of a vertical reference ground'plane (see CISPR 16-2-1 and Clajyise B.5 and
Figure B.3 ¢f this document for details of the arrangement). The AMN shall be placed on and bonded {o the RGP.
, it can be placed on the non-conductive table and*bended to the RGP by means of a vefy wide, low
impedance fonductor. In either case, the bonding strap shall satisfy the requirements in 5.3 of CISPR 1$-2-1:2014.

Alternativel

The ground
connection,

Key
PS App
Line

N Neu

cable between AMN and EUT is connected to the conical metal housing. If the PS also refuires a PE

it shall be connected to the PE of the AMN-

opriate power supply specified by themanufacturer

ral

PE Protgctive earth

AMN  Artif

cial mains networK

ELV  Extra low voltage

M CISPR measuring, receiver

Figure A.4 — Arrangements for conducted disturbance measurements

from restricted ELV lamps (see A.5.1)
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Electrical conductive
hose clamp

Connection to PE of the
AMN

[ ] [ 1
BN R |

IEC
Key

GU10 Seff -ballasted lamp with a GU10 bayonet cap

Figure A.5 — Hose-clamp reference luminaire for self-ballasted lamps with a
GU10 bayonet cap (see A.1.1)

Dimensions in| millimetres

45

V)

00 000000000000 0000000O0

24 insulating cable supports with a diameter of 20

Direction of rope light

Insulating plate

o\o

o
1250

24 insulating cable supports with a diameter of 20

0000000000000 O0O0O0DO0O0O0O0O0DO0O0OOO

1250

IEC

NOTE All dimensions have a 5 % tolerance.

Figure A.6 — Support plate for arranging long cables
and rope lights (see 9.3.2, Clauses A.3 and B.3)
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Annex B
(normative)

Test arrangements for conducted disturbance measurements

B.1 General

This annex gives more details on the test arrangements for conducted emission
measurements. It concerns details on the positioning of the EUT, the cables, auxiliary
equipment and the ancillary equipment (like measurement probes).

B.2 Aijrangement of cables connected to interfaces of wired networkports

B.2.1 Arrangements of electric power supply cables

The outplt terminals of the artificial mains network (50 /50 uH + 5 @AMN that meets the
requiremgnts as specified in CISPR 16-1-2 in both 9 kHz to 150 kHz<and 150 kHz tp 30 MHz
frequency ranges) and the electric power supply terminals of the’EUT shall be pgositioned
(0,8 £ 0,05) m apart and shall be connected by the two power conductors of a flexible three-
core or two-core cable of (0,8 + 0,05) m length.

If the elegtric power supply cable of the EUT is longer than/necessary to be connecjed to the
AMN, the|length of this cable in excess of 0,8 m shallkbe*folded back and forth parallel to the
lead so a3 to form a bundle with a length between 0,3.m and 0,4 m.

If the cablle on which the measurements are to be made is shorter than the required distance
between the EUT and the AMN, it shall be extended to the necessary length.

In case there is a conflict between the:distances indicated in Figure B.1 to Figure B.3 and the
cable length specified in this paragraph, then the latter takes precedence.

In specific cases, like very large"EUTs, the above stated cable length requirements may be
impossible to be complied with. In case of deviations from the above stated powgr supply
cable length are required,(these, together with the corresponding justification, shall pe stated
in the tesg report.

If the electric power supply cable of the EUT includes the protective earth conddctor, the
earthing ¢onducter‘at the end of the power supply cable opposite the EUT shall be qonnected
to the AMN reference ground.

Where a protective earth conductor is required, but is not included in the lead, the connection
of the protective earth line of the appliance to the AMN reference ground shall be made by a
wire not longer than necessary to be connected to the AMN running parallel to the electric
power supply cable at a distance of not more than 0,1 m from it.

B.2.2 Arrangement of other than electric power supply cables

EUTs that have interfaces, designated as network ports, to connect other than the electric
power supply cables (see B.2.1) to AuxEq (e.g. DALI controller, LAN switch, power-over-
Ethernet switch) shall be mounted on an insulating table in accordance with Figure B.1a,
Figure B.2 and Figure B.3.

The cable length requirement is (0,8 £ 0,05) m and the cable is arranged in accordance with
the applicable test method given in 8.4.
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B.3 Arrangement of cables connected to interfaces of local wired ports

B.3.1 General

This clause applies to the arrangement of EUT interfaces classified as local wired ports (see
5.3.3).

EUTs that have such interfaces, categorized as local wired ports, to connect to AuxEq (e.g.
load, starter, ignitor, controlgear, sensors, power switch, LAN switch, components, etc.) shall
be mounted on an insulating table together with the interconnecting cable and the AuxEq.

The interconnecting cable of the local wired port being assessed shall be arranged as
specified jpB-32te-B-34-

In case qf multiple identical local wired ports, only the cable of the local wiréd pgort being
assessed|shall be arranged as specified in this subclause. The other local wired ports shall be
terminated with AuxEq using a short cable. See also Clause B.4.

B.3.2 Cables of local-wired ports indirectly connected to a network

Cables of local-wired ports that are indirectly connected to a network can have any|length in
practice (3.4.10). Depending on the maximum length specified by the manufacturgr, one of
the following cable arrangements shall be applied:

a) For cables < 3 m, measurements shall be performed with a cable of 0,8 m + 20 %o, or with
the smaller maximum length indicated by the manufacturer. The cable shall be [a flexible
cable| of sufficient cross-section, and shall be arranged in a straight line.

b) For gables >3 m, measurements shall _be performed twice, once with a [cable of
0,8 m|+ 20 % as in a) above and secondly with the maximum permissible cahle length
arranged on the support plate specified*in Figure A.6. If the maximum permissible cable
length exceeds 25 m, then the second measurement shall be performed with aflength of
25 m.

c) Where the manufacturer gives strict installation and application instructions, including the
arrangement of the cable, the-measurements shall be performed under these conditions. If
the manufacturer’s instructions require a shielded cable to be used or that|the non-
shielded cable is installed inside a metallic conduit, the measurements shall be gerformed
under| these conditions; otherwise, the cable length requirements in a) or b)| shall be
obseryed, as applicable based on the cable length specified by the manufacturer.

The indigation of _the maximum permissible cable length shall be shown clearly in the
installatign instructions and/or on the type label of the EUT.

B.3.3 Cables-of-lecal-wired-ports—other-than-the-type-mentioned-inB-3-2——

Cables of local-wired ports that are not indirectly connected to a network can have any length
>3 m in practice (3.4.10). Depending on the maximum length, or particular installation or
application instructions specified by the manufacturer, one of the following cable
arrangements shall be applied:

a) Measurements shall be performed twice, once with a load cable of 0,8 m £+ 20 % as in a)
above and secondly with the maximum permissible cable length arranged on the support
plate specified in Figure A.6. If the maximum permissible cable length exceeds 25 m, then
the second measurement shall be performed with a length of 25 m.

b) Where the manufacturer gives strict installation and application instructions, including the
arrangement of the cable, the measurements shall be performed under these conditions. If
the manufacturer’s instructions require a shielded cable to be used or that the non-
shielded cable is installed inside a metallic conduit, the measurements shall be performed
under these conditions; otherwise, the cable length requirements in a) shall be observed,
as applicable based on the cable length specified by the manufacturer.
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The indication of the maximum permissible cable length shall be shown clearly in the
installation instructions and/or on the type label of the EUT.

B.3.4 Power-supply cables of an ELV lamp

For the power-supply interface of an ELV lamp, which is also a local wired port indirectly
connected to a network, the specific test arrangement of A.5.1 applies.

B.3.5 Arrangement of measurement probes

For voltage probe measurements, the voltage probe shall be placed at a distance of
(10 £ 5) cm from the EUT. Screened EUT interfaces are measured using the CISPR 16-2-1
method where the screen is connected to the RGP by means of a 150 Q resistor, the voltage
probe shall be placed in parallel with the 150 Q resistor.

For current probe measurements, the current probe shall be placed at)a digtance of
(30 £ 5) dm from the EUT. The current probe shall encompass all the leads, ‘of the|interface
connected to the EUT, in order to measure the common-mode mode current. Screened EUT
interfaceq are measured using the CISPR 16-2-1 method where thesséreen is conpected to
the RGP py means of a 150 Q resistor.

As an expmple, Figure B.2 shows this principle for a module~}t also applies for donducted
measurements at a local wired port of a luminaire.

B.4 Logading and termination of cables

As a gengral principle, all cables of the EUT th@t are subject to the conducted disturbance
tests (seg 5.3.5) shall be terminated and loaded, as indicated in 7.9. Interfaces designated as
network ports shall be terminated with AANs or AMNs, as applicable to each [interface.
Figure B.R shows this principle for a modute. It also applies for a luminaire.

Tests arg generally executed sequentially. All EUT cables, not only the cables under test,
shall be terminated during all measurements.

The measurement port of AMNs or AANs shall be terminated with 50 Q if the receiyer is not
connected (if the AMN or-the AAN functions as a termination).

B.5 Luminaires

The medsuring circuit is given in Figure B.1a and the measurement arrangements in
Figure B.B.

If the luminaire is provided with an earth terminal, it shall be connected to the reference earth
of the AMN. This connection shall be made by means of the earth conductor contained in the
power cable to the luminaire. Where this arrangement is not common practice, the earth
connection shall be made by means of a lead, the same length as the power cable and
running parallel to the power cable at a distance of not more than 0,1 m.

If the luminaire is provided with an earth terminal, but the manufacturer states that it need not
be earthed, it shall be measured twice: once with and once without the earth connection. In
both cases, the luminaire shall comply with the requirements.

The following three options for the arrangement of the luminaire can be used.

a) The luminaire shall be placed on an insulating table, such that the base of the luminaire
(usually the opposite side of the optical window) is on the insulating table at 0,4 m from a
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horizontal reference ground plane and the light output (optical window) is generally
directed away from the RGP. See Figure B.3a.

b) The luminaire shall be placed on an insulating table of 80 cm or greater height, such that
the base of the luminaire (usually the opposite side of the optical window) is positioned
vertically (at 90° with the insulating table’s top) and at a distance of 40 cm from a vertical
reference ground plane. The light output is generally directed away from the reference
ground plane. See Figure B.3b.

c) The luminaire shall be placed on an insulating table, such that the base of the luminaire is
on the insulating table at least 0,8 m from the floor. The longest side of the luminaire is
positioned parallel with a vertical reference ground plane at a distance of 0,4 m. The light
output is generally directed away from the floor. See Figure B.3c.

NOTE In
RGP.

For each

ase of the option a). the EUT can also be rotated 90° such that the EUT base is perpendi

cular to the

arrangement in addition the following applies.

All conddyctive surfaces other than the reference ground plane shall be separatec

0,8 m fro
and shall

M the EUT. The reference ground plane shall have dimensions{of at least !
extend at least 0,5 m beyond the projection of the boundaries of the syst

test (EUT, AuxEq and all cables). All AMNs and AANs shall be\bonded to the
ground plane by means of low impedance connections (as per CISPR 16-2-1). The c

run from
except cl

B.6 M

In case o
shown in

In case o

the AMN and the AAN to the EUT shall be separated (10 £ 5) cm from e
pse to the EUT and AMN/AAN connectors (see Figure B.1).

bdules

f internal, mounted or replaceable modules, the EUT (module) shall be con
Figure B.1b.

external modules, the EUT (module) shall be connected as shown in Figur

The meagurement arrangementscgiven in Figure B.3 apply.

The length, type and arrangement of the cables between the EUT (module) and t
(loads, sfarter, ignitor, control terminals, sensors, switches, components, etc.) sh

specified

in Clause B.2 and B.3.

AuxEq sHall be connected to the EUT as specified by the manufacturer, while obseé
requirements inc€lause B.2 and B.3.

The total

| at least
P m X2 m
em under
reference
hbles that
ach other

nected as

e B.2.

he AuxEq
all be as

rving the

arrangement of FUT and AuxFEq and cable(s) shall be measured in accaord

ance with

Clause B.5.
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Dimensions in centimetres

d
c
E
toM ____Cable length: see Clause B.2 b
2045 | [ @ |
—_—] AAN
NCL 10 £5
NCLT
+0-£5. 7 ave ave Flgure B.1a
—| Awn : | &Y '
MS MT
EUT = Luminaire
+
to M . Cable length 80 +5 R
)
NCL via AAN ~_ L « F{gure B.1b
EUT
e "
MS via AMN P
EUT ='ifnternal / mounted / replaceable m¢dule
MS via AMN ~ C
® Fjgure B.1c
E UT = Self ballasted lamp
(measured inside the
conical housing)
IEC
Key
AMN Arfificial mains network H Host (see NOTE)
AAN Aslymmetric artificial network a-b Supply terminals
MS Mgins supply c-d Control terminals
M Mgasuring receiver. C Conical metal housing
MT Magins supply términal E Earth terminal
NCL Ngtwork control line IP Piece of insulating material (see NOTE)
NCLT  Ngtwork cpntrol line terminal
See Figure B

For cable lengths of the mains supply cables, see B.2.1 and for cable lengths of other than mains supply cables,
see B.2.2 and Clause B.3.

NOTE The host is often realized by assembling the parts of the host on a wooden plate. Strictly speaking, the IP
is not required, but optional, for convenience of making a host.

Figure B.1 — Circuit for measuring conducted disturbances from a luminaire
(Figure B.1a), an internal/mounted/replaceable module (Figure B.1b) and a single
capped self-ballasted or independent non-gas-discharge lamp Figure B.1c)
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Dimensions in centimetres

Cable length: see Clause B.2

to M >
> Cable length: see
PREECN ; Clause B.3
AAN i 305
NCL :
10 45! | 1045
NCLT (! |[——!
: : AuxEg
10 +5 —| &y o——-- —
\
1 AMN EUT = ] L
MS MT LT Tcp
P Cable length 80 +5 N
toM h i’
VP
d
° NS |toM toM
E
b
a Inline devices
AAN
—a Ll
EUT
AMN Load
IEC
Key
a-b Supply terminals MS Mains supply
c-d Cantrol terminals MT Mains terminals
AAN Aslymmetric artificial(network NCL Network control line
AMN Arfificial mains network NCLT  Network control line terminal
CP Cdrrent probe RC Remote control (if any)
E Edrth terminal VP Voltage probe
L Lopd
LT Loadterminals
M CISPR measuring receiver (for AMN and AAN: replace by 50 Q if not connected)

The earth of the measuring receiver and the earth terminal of the EUT shall be connected to the AMN ground.

For load terminal voltage measurement, the length of the coaxial cable between the probe and the measuring
receiver shall not exceed 2 m.

Where an inline device is inserted in only one lead of the supply, measurements shall be made by connecting the
second supply lead as indicated in the lower figure.

See Figure B.3 for details on the arrangement.

Figure B.2 — Circuit for measuring conducted disturbances from an external module
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Dimensions in centimetres

Optical window
\“ i ’II
EUT >80 v e EUT
 — S,
AMN | \© e/ base
—————————
CSoie Ieng%h 80 g
RGP RGP i
Top view Side view (of EUT only) EC
Figure B.3a — Horizontal RGP setup (option 1)
Dimensions in centimetres
RGP -
RGP 40 -
-- EUT
AAN S e N A
]
8
EUT ~
Cable length 80
Top view Side view (of EUT only)

IEC

Figure B.3b — Vertical RGP setup (option 2)

Dimensions in centimetres

RGP RGP

<
-
-
-

40

=o--z--y EUT
Ao/

]
AMN R 2
Al
“-—> EUT
Cable length 80
Top view Side view (of EUT only)

IEC

Figure B.3c — Vertical RGP setup (option 3)

See Figure B.1, Figure B.2 and Clause B.5 for details on the measuring circuits, bonding of the AAN and AMN to
the RGP and arrangement of the cables.

Figure B.3 — Measuring arrangements for conducted disturbances (see Clause B.5)
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Annex C
(normative)

Test arrangements for radiated disturbance measurements

C.1 General

This annex gives test arrangements for radiated emission measurements of the EUT on an
OATS, SAC or FAR in accordance with CISPR 16-2-3.

C.2 Arrangements of electric power supply cables

When thg OATS or SAC measurement method is applied, to improve the reproducibility, the
mains supply cable of the EUT should be terminated with a CDNE bonded to/the reference-
ground plane and the receiver port of the CDNE terminated with a 50 Q impedance.

C.3 Arrangement of cables other than electric power supply cables

Apply CISPR 16-2-3 for arrangement of cables other than electfic power supply cablgs.

A4
=
~

C.4 Arrangements of EUT, auxiliary equipmentand associated equipm

C.4.1 General

General principles for arranging the EUT, auxiliary equipment and associated equipment as
specified|in CISPR 16-2-3 apply for the .rfadiated disturbance measurement methods that
apply (Taple 12).

Exampleg for the arrangement of EUT, auxiliary equipment and associated equipment are
given for the following cases:

— lumingires; see Figure G:3;

— internfl, mounted and replaceable modules; see Figure C.4;

— exterrjal modulesj.seé Figure C.5.

C.4.2 EUT arrangements for table-top, wall-mounted or ceiling-mounted applications

Figure Cl1_gives examples of the arrangement of the EUT for table-top, wall-mounted or
ceiling-mounted applications. The positioning table depicted in Figure C.1 is the|standard
positioning table of 0,8 m height that is used in radiated emission measurements.

Cc.4.3 EUT arrangements for floor-standing and pole-mounted applications

Figure C.2 gives the arrangement of the EUT for floor-standing and pole-mounted
applications. The positioning table depicted in Figure C.2 is the standard positioning table of
0,8 m height that is used in radiated emission measurements.

C.5 Loading and termination of cables

As a general principle, all cables of the EUT that are subject to the radiated disturbance tests
shall be terminated and loaded, as indicated in 7.9. Electric power supply cables should be
terminated with a CDNE in accordance with Clause C.2.
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Typical applications Arrangement during measurement

Ceiling mounted/pendant luminaires

% ™ o/

IEC
IEC

Wall mourjted luminaire

Wall

IEC
IEC

Table lum|naire

Table

IEC

IEC

Figure C.1-=EUT arrangement of ceiling-, wall-mounted and table-top applications
during the radiated (OATS, SAC or FAR) disturbance measurement
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Typical applications

Arrangement during measurement

Floor standing luminaire

N
;_E .
] *
EC IEC
* Insulating support up to 15 ¢cm high
Pole mourjted luminaire
[ . |
IEC

Figure C.2 — EUT arrangement of floor-standing and pole-mounted applications

AuxEq: 80 cm mains

Reference
ground plane
or bonding
point (part of

cable \

during the radiated (OATS, SAC or FAR) disturbance measurement

EUT

AuxEq: non-conductive

/ setup table

™\

test facility)

AuxEq: CDNE with 50 Q

termination

AuxEq: presence detector

AE: mains

connection
IEC

Figure C.3 — Example of arrangement of a luminaire during the radiated
(OATS, SAC or FAR) disturbance measurement
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AuxEq: host formed by housing,
cabling and load

AuxEq: non-conductive

AuxEq: 80 cm mains EUT\ setup table
cable |_|_|_l_|/

Reference
ground plane N
or bonding N
point (part of AuxEq: CDNE with 50 Q
test facility) | — termination
el

AE: mains

connection
IEC

Figure C.4 — Example of arrangement of an internal module during the radiapted
(OATS, SAC or FAR) disturbance measurement

AuxEq: nonh-conductive

AuxEq: 80 cm mains setup table
cable EUT /

Reference i i AuxEgq: formed by control units,
ground plane cabling, sensors and load

(part of test ]
facility) AN ‘///
1
O
]

B R o ]

AuxEq: CDNE with 50 Q AE: mains

termination connection
IEC

Figufre C.5 — Example‘of'arrangement of an external module during the radiated
(OATS, SAC or FAR) disturbance measurement
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D.1

Annex D
(informative)

Examples of application of limits and test methods

General

A number of examples are given in this annex to explain the methodology described in
Clause 5, Clause 6 and Figure 4 to find the requirements that apply for a certain EUT.

DC-grid.

n on the

D.2 Case 1 Power controlgear with remote battery connection
D.2.1 EUT description
The EUT [is a light source driver that can be connected to a remote batteny unit or 3
The maximum dimension of the EUT is 25 cm. The length of the DC power supply dable may
be 10 m maximum. A generic LED light source of maximally 75 W_ean*be connecfed to the
load intenface of the driver with a twin wire of maximally 2 m. Ther@ is no restrictip
routing oflthe two leads over the load cable (they may run separately). See Figure D .[1.
Solar panels
EUT
Electric power supply Electric power load
cable 10 m maximum cable 2 m maximum
Rémote battery unit Power controlgear LED light source
IEC
Application 1
DC-grid EUT
Electric power supply Electric power load
cable 10 m maximum cable 2 m maximum
Power controlgear LED light source
‘ IEC
Application 2
Figure D.1 — Case 1 EUT

D.2.2 Interfaces, ports and limits

An overview of the interfaces of the Case 1-EUT, the associated ports and the limits that
apply is given in Table D.1.
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Table D.1 — Case 1: Summary of interfaces, applicable ports and limits
Interface Port Reason Limits Test method
Enclosure + Enclosure port Default Table 10 One of the optional
cables > 30 MHz radiated methods
Enclosure port Leads of the load Table 8 LAS method (EUT
< 30 MHz cable may run size < 1,6 m) with
separately (see load interface
5.3.4.1) having 1 m< loop
area
Electric No local wired port; Cable length is less Table 10 Radiated test is
power load Enclosure port than 3 m; hence cable already done (see
> 30 MHz shall be connected to above)
a load during radiated
test applying (see
Clause C.3)
DC input Application 1: Interface not directly Table 1 limits which See 8.2
) connected to a are more severe
Local wired port network, but length > (starting at 9 kHz)
3m than Table 5 or
. Table 6 limits;
Application 2: Interface connected t0 | hence this interface
: a network is tested against the
Wired network port limits of Table 1
(see 5.8.6)
D.3 Case 2: Universal presence and light detector
D.3.1 EUT description
The EUT|is an independent presence andilight detector. The sensor detects the pr¢sence of
persons and measures the intensity of dight. The sensor can be applied as an independent
module for installation in luminaires_or-for separate application in a ceiling (an ingtallation).
The senspr has an interface for conmection to the mains network and it has an interface for
connectign to the load that is switched. An optional interface (for installations) is pfesent for
coupling pther sensors of the same type for extension of the sense area (slaved |sensors).
Maximum| length of each cable that can be connected to the sensor is 100 m. The $chematic
diagram is given in Figure\D.2.
D.3.2 nterfaces; ports and limits
For the tyvo possible application scenario’s, the EUT can be considered as an independent
internal module *(6.4.3), and as an independent external module (6.4.4). For each| of these
applicatigns<a test is to be executed (6.4.2). An overview of the interfaces of the Cage 2-EUT,
o Table D.2

and Table D.3.
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EUT
N
Light source
Electric power Sl
Luminai
supply cable 100 m uminaire

maximum
| Controlgear

IEC

Application 1: Inside a luminaire

Mai t K Electric power EUT
ains networ supply cable 100 m P . )
maximum Optional: connection to other
Sensor sensors (slaves); 100 m maximum

Control cable 100 m
maximum

Lighting equipment
e.g luminaires

Lighting equipment
e.g luminaires

IEC

Application 2: Independent sensor in an installation

Figure D.2 — Case .2 EUT

Table D|2 — Case 2 — Application 1: Summary of interfaces, applicable ports and limits

Interfacp Port Reason Limits Test method
Enclosure Enclosure port Defadlb Table 10 One of the| optional
port > 30 MHz radiated methods

No enclosure port Inside the sensor no N.A. N.A.
< 30 MHz large loop current are
present and the wires
of the power supply
cable run together
(see 5.3.4.1)
Electric Network<port Interface connected to Table 1 See Clausg B.5
power a network (the mains Measuring| circuit:
S ly cabple ower s | :
upply pow upply) see Figurg B.1b
Arrangemgnt: one of
the three gptions
from-Figure B.3.
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Table D.3 — Case 2 — Application 2: Summary of interfaces, applicable ports and limits

Assessment Port Reason Limits Test method
Enclosure Enclosure port Default Table 10 One of the optional
port > 30 MHz radiated methods
No enclosure port Inside the sensor no N.A. N.A.
< 30 MHz large loop current is
present, and the wires
of the power supply
cable run together
(see 5.3.4.1)
Electric Network port Interface connected to Table 1 See Article B.5
power a network (the mains . o
supply cable power supply) Measuring circuit:
See rigurg B.2
Arrangemgnt: one of
the three gptions
fromrFigurp B.3.
Control Local wired port Interface indirectly Table 5 or Table 6 See 8.5.2.p, 8.5.2.3,
cable 100|m connected to a B.3.2.b) apd
maximum network (the mains Figure B.2)and
power supply) through apply the gupport
the load plate of Figure A.6.
Slave mode Local wired port Interface is not Table 5-0r Table 6 See 8.5.2.p, 8.5.2.3,
interface connected to a B.3.3 and
(connectign network; however its Figure B.2)and
to other length is >3 m apply the gupport
sensors) plate of Figure A.6.

D.4 Case 3: Driver with three load interfaces

D.4.1

EUT description

The EUT| is an independent LED driver for use in installations. The LED driver|is to be
connected to the mains (220 V t0°240 V). The driver can be controlled (switching, [dimming)
using a DALI interface for connection to a DALI bus (network). An additional inferface is
present for connection of an‘eptional NTC thermistor inrush current limiter. An arrgy of LED
light sournces can be connécted to each of the three load interfaces (24 V). The maximum
length befween the driveryand each array of LED light sources is 4 m. A temperatufe control
interface |can optionally.be added to monitor the temperature of the light sources cpnnected.
In the latfler case, the-temperature control leads and the load leads are combined in pne cable
for each pf the three load interfaces. The length of this temperature control interfage is also
4 m maximum- The individual wires within each cable connected to the driver (power supply
cable, eagh{load cable and control cables) are to be routed together. The schemati¢ diagram

is given im_Eigure D 3

D.4.2

Interfaces, ports and limits

An overview of the interfaces of the Case 3 — EUT, the associated ports and the limits that
apply is given in Table D.4. The EUT can be considered as an independent external module

(6.4.4).


https://iecnorm.com/api/?name=35d24fbee616a3315a417347a006c2d1

CISPR 15:2018 © IEC 2018

— 65 —
EUT Load cable
Electric power supply
cable (L,N,E) | |[peeeReeeeeeeees Light source
DALI network connection LED driver Light source
bl WO -
U | Light source
Inrush current :. .....................
suppressor
(optional) Temperature

control (optional)

Figure D.3 — Case 3 EUT

IEC

Table D.4 — Case 3:

Summary of interfaces, applicable ports and limits

Assessment Port Reason Limits Test nethod
Enclosure Enclosure port Default Table 10 One of the| optional
port > 30 MHz radiated methods
No enclosure port The driver N.A. N.A.
< 30 MHz specification does not
allow large loops (see
5.3.4.1)
Electric Network port Interface connected to Table 1 See Clausg B.5
power a network (the mains Measuring| circuit
supply calple ower suppl url Ireuit.
upply pow upply) see Figurg B.2
Arrangemgnt: one of
the three gptions
from Figurp B.3.
Each of thee Local wired port Each interface is not Table 5 or Table 6 It is sufficipnt to test
three connected‘to a one of the|three
electric network but its length load ports |as they
power loadl is larger than 3 m. are of the pame
cables 4 n| kind; see §.3.5.
maximum
Temperature | Local wired port Each interface is not Table 5 or Table 6. The condulcted
control connected to a . disturbancg of this
interface network but its length Limits of Table 6 are | jnterface i
is larger than 3 m. most practical as measured ftogether
with the current with the disturbance
probe method, a from the Idad port
single measurgment by using tHe
can be done with current-prgbe
the power load method.

cable and the
temperature control
cable.

Interface for

Enclosure port

Interface is not

Table 10

Radiated test is

connection > 30 MHz connected to a already done (see
inrush network and its length above)

current is less than 3 m.

limiter

DALI Network port Interface is connected Table 2 or Table 3 See 5.3.2.2.
interface to a DALI network

(4.3.2).
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D.5 Case 4: Ethernet powered OLED

D.5.1 EUT description

The EUT is an OLED luminaire of which the power is delivered through an Ethernet CAT 5
interface having a length of maximally 15 m. No other wired interfaces are present. See
Figure D .4.

EUT

Cat 5 Ethernet
cable; 15 m
maximum

OLED luminaire

Network |—
switch

Mains power
IEC

Figure D.4 — Case 4 EUT

D.5.2 Interfaces, ports and limits

An overvlew of the interfaces of the Case 4-EUT, thesassociated ports and the ljmits that
apply is diven in Table D.5.

Table D.5 — Case 4: Summary of interfaces, applicable ports and limits

Assessm¢nt Port Reason Limits Test method
Enclosure Enclosure port Default Table 10 One of the| optional
port > 30 MHz radiated methods
No enclosure port The Ethernet wire N.A. N.A.
< 30 MHz Specification does not

allow separation of
individual wires; no
external loops are
present. Also within
the luminaire no large
loops with high
currents (OLED
technology) are
present (see 5.3.4.1)

Ethernet Network port Interface is connected Table 2 or Table 3 See 5.3.2.p.
interface to an Ethernet network
switch (4.3.2)

D.6 Case 5: Stand-alone occupancy-daylight sensor

D.6.1 EUT description

The EUT is a simple stand-alone combined daylight sensor, movement detector and controller
which can be connected to maximally two AC fed luminaires of a specific type. The sensor
enables switching or dimming of the luminaire depending on local presence of persons and
the level of daylight. The two control interfaces to the luminaire are balanced three-lead wired
interfaces and a proprietary protocol for controlling those luminaires is used. The same
interfaces also provide the necessary power to the sensor. The length of each control
interface is limited to 2,5 m maximum. The schematic diagram of the application is given in
Figure D.5.
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EUT
Stand-alone
occupancy-daylight
Proprietary control sensor
interface 2,5 m
maximum T~
Mains power \ T
AC | |
( Luminaire 1 \ ( Luminaire 2 \
IEC
Figure D.5 — Case 5 EUT
D.6.2 Interfaces ports and limits
An overvlew of the interfaces of the Case 5-EUT, the associated ports andthe ljmits that
apply is diven in Table D.6.

Table D.6 — Case 5: Summary of interfaces, applicable ports and limits
Assessment Port Reason Limits Test njethod
Enclosure Enclosure port Default Table 10 One of the| optional
port > 30 MHz radiated methods

No enclosure port Both the EUT itself NAA, N.A.
< 30 MHz and the two wired
interfaces will not
cause large dipole
moments.
(see 5.3.4.1)
Each of the Local wired port Interface is.indirectly Table 5 or Table 6 It is sufficient to test
two contrdl connectedd4o a one of the[two load
interfaces network-(it is ports as they are of
conpécted to a the same Kind; see
luminaire, which is 5.3.5.
connected to an AC
mains network)
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Annex E
(informative)

Statistical considerations in the determination
of EMC compliance of mass-produced products

E.1 General

IEC 2018

CISPR limits have been developed, taking into account the inherent variability of the EMC
performance of mass-produced equipment. The CISPR Ilimits are based
recommendation that, for type approval of mass-produced equipment on a statistical basis, at

on the

least 80
least 80 9

NOTE Fur|
found in ClI

Type tes
equipmer

According

a) On a
E.5, ¢
b) For si

Subsequs
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In this type test method; the disturbance x(f) is measured for each of n items (n >
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6 of the mass-produced equipment should comply With the disturbance 1im
% confidence.

her information on the various methods for statistical evaluation of mass-produced equipn
PR TR 16-3 [5]2 and CISPR TR 16-4-3 [3].

ts are generally made on units which are representative of mass
t.

ly, type tests should be made either:

sample of at least 3 units, according to one ofythe methods given in Clau
r

mplicity’s sake, on one unit only.

nt tests are recommended from time“to time on equipment taken at ran
h, especially if option b) above has been followed.

st method based on a general margin to the limit

test method for conducted or radiated disturbance measurements can be
n of the statistical, method using a general margin to the limit as o
R 16-4-3 [3].

nent method that apply for the EUT.

ts with at

ent can be
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se E.2 to

Hom from
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3) of the

ment that is type tested using this method can be expected to be complian

t with the

relevant limit when the measured disturbance values x;( /) of all individual items of the sample
are below the limit L(f) with an additional margin to the limit which is not less than the value
of the sample-size dependent margin M,, given in Table E.1:

x(f)+ My, < L(f), for each item 1<i<n,

2 Numbers in square brackets refer to the Bibliography.


https://iecnorm.com/api/?name=35d24fbee616a3315a417347a006c2d1

CISPR 15:2018 © IEC 2018 - 69 -

Table E.1 — General margin to the limit for statistical evaluation

Sample size (n) 3 4 5 6

General margin M to the limit (dB) 3,8 2,5 1,5 0,7

NOTE The values in Table E.1 are based on a standard deviation of 6,0 dB assumed for the disturbances, caused
by equipment in the scope of this document. For further information, see CISPR TR 16-4-3 [3]. It is important that
the manufacturer of mass products verifies whether the assumption of the expected standard deviation of the

product is v

alid or not.

Since in reality the standard deviation in most cases will be lower, it is recommended to use
one of the methods in Clause E.3 or E.4, when this method of Clause E.2 fails.

In Table
binomial

E.3 T¢

E.3.1

The type
applicatio
CISPR TH
levels at
measurer|

— the lin
— the fn
individ

For this r
for a par
deviation
the limit |

where

d(f) is

le

E.1, values are given only for a sample size up to n = 6. For a larger samplé
Jistribution method is more suitable as described in Clause E.4.

st method based on the non-central t-distribution

Practical implementation by using frequency sub-ranges

test method for conducted or radiated disturbance measurements can be

size, the

based on

n of the statistical method using the non-central t-distribution as o{tlined in

R 16-4-3 [3]. The t-distribution method calculates\the highest measured di
distinct frequencies in the frequency range applicable for the particular di
nent method. In practice however, a number.of difficulties may arise:

nit levels vary over the frequency range;
equencies at which the highest disturbance levels are measured var
ual units of a sample.

pason, in practice, the method\is to be applied by dividing the whole freque
icular measurement method into subranges. The average value and the

sturbance
sturbance

y for the

cy range
standard

are then calculated using the measured disturbance levels that are normalised to

bvel as a function of frequency as follows:

the difference between the disturbance level and the limit level (relative di
pel)vat the specific frequency 1 in dB;

(E.2)

sturbance

x(f) s

the measured disturbance level in dB(uV), dB(nA), dB(pA/m) or dB(uV/m);

L(f) is the disturbance limit at the specific frequency in dB(upV), dB(pA), dB(pA/m)

or

dB(uV/m).

The relative disturbance level d(f) is calculated as a function of frequency. The difference is
negative where the measured value is below the limit and positive where it is above the limit.

For all n items in the sample (label i), the maximum values of the relative disturbance
level d(f)is calculated as follows for each of the frequency sub-ranges specified in E.3.2:

d; =max{d(/)}

(E.3)
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The equipment that is type tested using this method can be expected to be compliant with the
relevant limit when the following condition is met for the maximum relative disturbance level
d; in each of the subranges that apply for the particular measurement method:

d + ks, <0 (E.4)

where

d is the arithmetic mean of the maximum relative disturbance values d; of each of the n
items in the sample calculated for each frequency sub-range as follows (in dB):

— 1 n
d :724 (E.5)

sy is the[standard deviation of the maximum relative disturbance values d; of n items in the
sample calculated as follows:

sn2=i(di—c7)2/(n—1) (E.6)
i=1

k is thel|factor derived from tables of the non-central:t-distribution which ensures, with 80 %

confidence, that 80 % or more of the production’are below the limit L; the vglue of k
depends on the sample size n and is stated in-¥able E.2.

Table| E.2 — Sample size and corresponding k factor in a non-central t-distriution

n 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

k 2,04 1,69 1,62 ha2 1,35 1,30 1,27 1,24 1,21 1,20

E.3.2 Frequency sub-ranges

The statistical evaluation)given in E.3.1 should be carried out separately for the|following
frequency sub-ranges:

e 9 kHzto 50 kHz;

e 50 kHz to(150 kHz;

e 150 kHz.to 500 kHz:

e 500 kHz to 5 MHz;

e 5 MHz to 30 MHz;

e 30 MHz to 100 MHz;

e 100 MHz to 230 MHz;

e 230 MHz to 300 MHz;

e 300 MHz to 500 MHz;

e 500 MHz to 1 000 MHz.

NOTE The frequency sub-ranges have been chosen such that the boundaries coincide with the frequencies where
the limit curve shows a transition or a discontinuity. In case of large ranges, also additional sub-ranges are applied.

The test may fail due to artefacts in the results that may occur due to start and stop
frequencies of frequency sub-ranges. The cause of those artefacts is explained in E.3.3.
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E.3.3 Data distortion occurring at a sub-range boundary

If all measured values are under the limit and the test failed only due to a large standard
deviation, then it should be investigated whether this large standard deviation has been
caused by a maximum of x; at the borderline between two frequency sub-ranges. In this case,
the evaluation should be done according to Clause E.4.

Figure E.1 illustrates the possible difficulties if a maximum of the measured disturbances
occurs at the borderline of two frequency sub-ranges. "U" is the measured disturbance
voltage; "f" is the frequency. Here two units with different characteristics out of a sample are
shown. For broadband disturbances, the value of the maximum as well as the frequency of
the maximum can change from unit to unit. Differences as shown in Figure E.1 between unit 1
and unit 2 of a sample are typical. The average value and standard deviation is calculated
from the fmaximum disturbance levels all units (o1 which two are shown) for each subtrange. In
this example, the calculated standard deviation is much higher for subnange 1 than

subrange

the average for subrange 1 is much lower than subrange 2, after taking into conside
large valye of S, multiplied by the factor from Table E.2, in rare cases this -could le
fulfilling the criterion on Equation (E.4). Since this is simply a consequence of the
way in Wwhich the frequency sub-ranges have been defined, no“statistically m
conclusion can be drawn regarding compliance. In this case, it is,recommended to r|

evaluatio

2 (e.g. consider how different the values of x, and x, are at the bordgrline).

n in a newly defined subrange such that occurrence ofmaximum values at s

Although
ration the
ad to not
arbitrary
eaningful
epeat the
ub-range

boundarigs is avoided.

Frequency Frequency
subrange subrange
1 2

Figure E:1 — lllustration of difficulties in case the maximum value
of the disturbance is at the boundary of a sub-range

E.4 Tastmethod based on the binomial distribution

The type test method for conducted or radiated disturbance measurements can be based on
application of the statistical method using a binominal distribution as outlined in
CISPR TR 16-4-3 [3]. This method is based on the verification of the condition that from a test
sample of size n, the number of units that generate a disturbance level above the applicable
limit do not exceed ¢, as given in Table E.3.

Table E.3 — Application of the binomial distribution

n 7 14 20 26 32

c 0 1 2 3 4
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E.5 Application of larger sample size

Should the test on the initial sample not fulfil one of the Clauses E.2, E.3 or E.4, then more
units may be tested and the result combined with those from the first sample. The combined
result can then be checked for the larger sample size.
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nt aux travaux. L'IEC collabore étroitement avec I'Organisation Internationale de Normalis|
s conditions fixées par accord entre les deux organisations.

sions ou accords officiels de I'lEC concernant les questions techniques représentent, dan

&s sont représentés dans chaque comité d'études.

lications de I'lEC se présentent sous la forme de recemmandations internationales et sq
telles par les Comités nationaux de I'lEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afi
de I'exactitude du contenu technique de ses publjeations; I'lEC ne peut pas étre tenue resy
blle mauvaise utilisation ou interprétation qui envest-faite par un quelconque utilisateur final.

but d'encourager I'uniformité internationale,.les Comités nationaux de I'lEC s'engagent, d
possible, a appliquer de fagon transparenterles Publications de I'lEC dans leurs publication
nales. Toutes divergences entre toutes “Publications de I''EC et toutes publications nal
les correspondantes doivent étre indiquées en termes clairs dans ces derniéres.

le-méme ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification in
ent des services d'évaluation- dej‘conformité et, dans certains secteurs, accédent aux 1
ité de I'lEC. L'IEC n'est respOnsable d'aucun des services effectués par les organismes de
dants.

utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la derniére édition de cette publi

responsabilité ne-‘\doit étre imputée a I'lEC, a ses administrateurs, employés, au
ires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et d
x de I'lEC, peuritout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou dé
e de quelgyeLnature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y comp
e) et les(dépenses découlant de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de
tre Publication de I'lEC, ou au crédit qui lui est accordé.

on est_attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de
ées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
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L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de I'lEC peuvent faire
I'objet de droits de brevet. L'IEC ne saurait étre tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits
de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CISPR 15 a été établie par le sous-comité CIS/F: Perturbations
relatives aux appareils domestiques, aux outils, aux appareils d'éclairage et aux appareils
analogues, du comité d'études CISPR de I'lEC: Comité international spécial des perturbations
radioélectriques.

Cette neuvieme édition annule et remplace la huitieme édition parue en 2013 et son
Amendement 1:2015. Cette édition constitue une révision technique.

Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport a I'édition
précédente:

a) révision et restructuration éditoriale complétes;
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b)
c)
d)

e)
f)

g)
h)
i)
)]

k)

Le texte de cette norme internationale est issu dés-documents suivants:

suppression de la restriction concernant I'alimentation par le réseau et sur batterie dans le
domaine d'application;

introduction de limites de perturbations rayonnées dans la plage de fréquences comprises
entre 300 MHz et 1 GHz;

modification des limites aux bornes de sortie et des limites CDNE (alternative aux
émissions rayonnées);

suppression des exigences de perte d'insertion et de I'Annexe A associée;

introduction de trois accés de base: accés réseau cablés, accés cablés locaux et accés
par I'enveloppe;

introduction d'une approche visant a s'affranchir de la technologie;

remplacement de ['Annexe B (CDNE) par des références a la série de normes CISPR 16;

modification des exigences relatives aux trous métalliques du support conique;

ajout [d'une méthode de mesure des perturbations conduites pour les lampes|a ballast
intégrg GU10;
ajout d'une méthode de mesure par sonde de courant et de limites)pour différgnts types
d'accés (en complément de nouvelles limites de tension et méthodes‘de mesure)

introdpction du terme "module" (a la place du terme "appareil ‘auxiliaire indépendant") et
des exigences pour la mesure des modules a l'aide d'un systéme (de référence) hote;

modification des spécifications concernant les durées de/stabilisation des EUT;

pour les EUT de grandes dimensions (> 1,6 m), ajout-d‘une méthode de mesure gu champ
magnétique a l'aide d'une antenne-cadre de 60 cmna“une distance de 3 m (méthpde de la
CISPR 14-1) a la place de la LAS a3 met 4 m.

FDIS Rapport de vote
CIS/F/733/FDIS CIS/F/736/RVD

Le rappoft de vote indiqué dans e tableau ci-dessus donne toute information sur le Vfote ayant

abouti a Ilapprobation de cette norme internationale.

Ce document a été rédigélselon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

Le

stabilité
relatives a la publication recherchée. A cette date, le document sera

comitT a décidé~que le contenu de ce document ne sera pas modifié avant la date de
indiguée~sur le site web de I'lEC sous "http://webstore.iec.ch" dans les| données

reconduit,

supprime,
remplacé par une édition révisée, ou

amendé.

Le contenu de la feuille d’interprétation de novembre 2019 a été pris en considération dans
cet exemplaire.

IMPORTANT - Le logo "colour inside"™ qui se trouve sur la page de couverture de
cette publication indique qu’'elle contient des couleurs qui sont considérées comme
utiles a une bonne compréhension de son contenu. Les utilisateurs devraient, par
conséquent, imprimer cette publication en utilisant une imprimante couleur.
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LIMITES ET METHODES DE MESURE DES PERTURBATIONS

RADIOELECTRIQUES PRODUITES PAR LES APPAREILS

IEC 2018

ELECTRIQUES D'ECLAIRAGE ET LES APPAREILS ANALOGUES

1 Dom

aine d'application

Le présent document concerne I'émission (rayonnée et conduite) des pert
radioélectriques:

— des a
— dela
prima

NOTE

d'éclairf
— des

dome

— dese

NOTE 2

— del'é
— dese

Les appa

— les co
ne so

NOTE

bpareils d'éclairage (3.3.16);
partie éclairage des appareils a fonctions multiples lorsque celle-ci est, un¢
re;

1 1l s'agit, par exemple, d'appareils d'éclairage a communication par lumiére: visible et
Age artistique.

bppareils a rayonnement ultraviolet et infrarouge deéstinés aux ap)
stiques et non industrielles;

seignes publicitaires;

Il s'agit, par exemple, des enseignes publicitaires au néon.
tlairage décoratif;
nseignes d'urgence.

Feils suivants sont exclus du domaine d‘application du présent document:

mposants ou modules destinés a étre intégrés dans des appareils d'éclairg
N\t pas remplagables par I'utilisateur;

Pour les appareillages intégrés; se référer a la norme CISPR 30 (toutes les parties).

— les a

définig¢s dans la résolution 63 (1979) du Réglement des radiocommunications de
— les appareils d'éclairage’ des aéronefs et des installations aéroportuaires

install
— les en
— les ing

— les
électr

pareils d'éclairage fonctionnant dans les bandes de fréquences ISM (t

tions de service,plateformes);
seignes vidéo;
tallations;

Bquipements pour lesquels les exigences relatives a la con
bmagnétique dans la plage de radiofréquences sont formulées de maniére

urbations

b fonction

d'appareils

plications

ge et qui

elles que
'UIT);

(pistes,

npatibilité
explicite

dans

NOTE 4 Des exemples d'exclusions sont donnés ci-dessous:

J'autres normes CISPR _méme s'ils Inneer‘:dnnf une fonction d'ér‘lniragp inféJrée‘

— les équipements de dispositifs a éclairage intégré destinés au rétroéclairage, a I'éclairage d'échelle et a la

sig
- les
- les

- les

nalisation;
affichages SSL;
hottes de cuisine, les réfrigérateurs, les congélateurs;

photocopieurs, les projecteurs;

— les appareils d'éclairage destinés aux véhicules routiers (domaine d'application de la norme CISPR 12).

La plage de fréquences couverte est comprise entre 9 kHz et 400 GHz. Aucune mesure n'est
nécessaire aux fréquences pour lesquelles aucune limite n'est spécifiée dans le présent
document.

Les appareils a fonctions multiples qui sont simultanément couverts par différents articles du
présent document et/ou d'autres normes doivent satisfaire aux dispositions de chaque

article/no

rme, les fonctions concernées étant en fonctionnement.
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Pour les équipements qui ne relévent pas du domaine d'application du présent document et
qui comportent un éclairage comme fonction secondaire, il n'est pas nécessaire d'évaluer
séparément la fonction d'éclairage selon le présent document, a condition que la fonction
d'éclairage soit en fonctionnement lors de I'évaluation conformément a la norme applicable.

NOTE 5 Les équipements dotés d'une fonction d'éclairage secondaire peuvent étre, par exemple, des hottes de
cuisine, des ventilateurs, des réfrigérateurs, des congélateurs, des fours et des télévisions dotées d'un éclairage
ambiant.

Les exigences d'émissions rayonnées indiquées dans le présent document ne s'appliquent
pas aux transmissions intentionnelles provenant d'un émetteur radio telles que définies par
I'UIT ni aux rayonnements non essentiels liés a ces transmissions.

Dans le F i a—ehagae—fois—at : d 3
"EUT" egt utilisé, il désigne un appareil d'éclairage électrique ou analogue, felevant du
domaine d'application du présent document comme spécifié dans le présent article.

2 Références normatives

Les documents suivants sont cités en référence de maniére normative, en intégralité ou en
partie, dans le présent document et sont indispensables pour_son application. [Pour les
référencels datées, seule I'édition citée s'applique. Pour les références non datées, 19 derniére
édition dy document de référence s'applique (y compris les €éventuels amendements),

IEC 6003B, Tensions normales de I'lEC

IEC 600%0-161, Vocabulaire Electrotechnique . International — Chapitre 161: Compatibilité
électromagnétique

IEC 6005D-845:1987, Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) — Chapitre 845:
Eclairage

IEC 6006[1-1, Culots de lampes\~et douilles ainsi que calibres pour le conptrble de
I'interchahgeabilité et de la sécurité — Partie 1: Culots de lampes

IEC 6008[1, Lampes a fluorescence a deux culots — Prescriptions de performance

IEC 6059B-1:2014, Luminaires — Partie 1: Exigences générales et essais
IEC 6059B-1:2014/AMD1:2017

IEC 6092(1,Ballasts pour lampes tubulaires a fluorescence — Exigences de performahces

IEC 61000-4-20:2010, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-20: Techniques
d'essai et de mesure — Essais d'émission et d'immunité dans les guides d'onde TEM

IEC 61195, Lampes & fluorescence a deux culots — Prescriptions de sécurité

IEC 62504:2014, Eclairage général — Produits & diode électroluminescente (DEL) et
équipements associés — Termes et définitions

CISPR 16-1-1:2015, Spécification des méthodes et des appareils de mesure des
perturbations radioélectriques et de I'immunité aux perturbations radioélectriques — Partie 1-1:
Appareils de mesure des perturbations radioélectriques et de I'immunité aux perturbations
radioélectriques — Appareils de mesure
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CISPR 16-1-2:2014, Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des
perturbations radioélectriques et de I'immunité aux perturbations radioélectriques — Partie 1-2:
Appareils de mesure des perturbations radioélectriques et de l'immunité aux perturbations
radioélectriques — Dispositifs de couplage pour la mesure des perturbations conduites

CISPR 16-1-4:2010, Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des
perturbations radioélectriques et de I'immunité aux perturbations radioélectriques — Partie 1-4:
Appareils de mesure des perturbations radioélectriques et de l'immunité aux perturbations
radioélectriques — Antennes et emplacements d'essai pour les mesures des perturbations
rayonnées

CISPR 16-1-4:2010/AMD1:2012

CISPR 16-1-4:2010/AMD2:2017

CISPR 18-2-1:2014, Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des
perturbations radioélectriques et de I'immunité aux perturbations radioélectriques = Rartie 2-1:
Méthodeg de mesure des perturbations et de l'immunité — Mesures dés -perjurbations
conduites
CISPR 18-2-1:2014/AMD1:2017

CISPR 18-2-3:2016, Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des
perturbatjons radioélectriques et de I'immunité aux perturbations radioélectriques — Rartie 2-3:
Méthodeg de mesure des perturbations et de I'immunité — Mesuragess des periurbations
rayonnéepg

CISPR 16-4-2:2011, Spécifications des méthodes: et des appareils de megure des
perturbations radioélectriques et de I'immunité aux perturbations radioélectriques — Rartie 4-2:
Incertitudes, statistiques et modélisation desclimites — Incertitudes de mesure de
I'instrumgntation

CISPR 18-4-2:2011/AMD1:2014

CISPR TR 30-1:2012, Test method on_electromagnetic emissions — Part 1: Electroniic control
gear for dingle- and double-capped flyorescent lamps (disponible en anglais seulemgnt)

CISPR 32:2015, Compatibilité électromagnétique des équipements multimédia — Exigences
d'émission

ISO/IEC 17025:20051, Exigences générales concernant la compétence des laboratoires
d'étalonnages et d'essais

3 Termes, définitions et termes abrégés

3.1 Généralités

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions de I'lEC 60050-161, de
I'"EC 62504 et de I'lEC 60050-845, ainsi que les suivants s'appliquent.

L'ISO et I'lEC tiennent & jour des bases de données terminologiques destinées a étre utilisées
en normalisation, consultables aux adresses suivantes:

e |EC Electropedia: disponible a I'adresse http://www.electropedia.org/

e |SO Online browsing platform: disponible a I'adresse http://www.iso.org/obp

1 Cette édition a été remplacée par I'lSO/IEC 17025:2017 mais I'édition citée s'applique.
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3.2 Termes et définitions généraux

3.21

base du luminaire

surface de montage du luminaire lors de I'utilisation normale, en général le c6té opposé de la
fenétre optique

3.2.2

fréquence d'horloge

fréquence fondamentale de tout signal utilisé dans I'EUT a l'exclusion de ceux générés a
I'intérieur des circuits intégrés (Cl) et qui sont uniquement utilisés a l'intérieur du méme CI
sans étre accessibles depuis I'extérieur, et a I'exclusion de ceux utilisés exclusivement pour
les fonctions d'émission radio ou de réception radio

Note 1 a I'agrticle: De hautes fréquences sont souvent générées a l'intérieur des circuits intégrés<(fCl) par des
circuits comportant une boucle a verrouillage de phase (PLL, Phase-Locked-Loop) a partir.de) fréquences de
I'oscillateur|d'horloge plus basses en dehors du ClI.

3.2.3
trés basge tension
TBT
tension rle dépassant pas 50 V en courant alternatif ou 120(V,en courant coninu sans
ondulatioh entre conducteurs ou entre tout conducteur et la terre (domaine de tension 1 de
I''EC 60449) appliquée aux interfaces de charge fournissant la puissance a [l'appareil
d'éclairage, a l'exclusion des interfaces utilisées pour la communication ou le trgnsfert de
données

Note 1 a lfarticle: L'expression "Sans ondulation" est définies par convention pour une tension d'ondulation
sinusoidalel[comme une composante d'ondulation d'au plus.#0%% en valeur efficace: la valeur de créte maximale ne
dépasse paps 140 V pour un réseau continu sans ondulationnde 120 V nominal.

[SOURCE: IEC 61347-1:2015 + AMD1:201%,43.27, modifiée — La définition a été refofmulée.]

3.2.4
transfert|de puissance inductive
processu$ de transfert inductif de I'*énergie électrique dans le temps entre une sourfe et une
charge séparée, lorsque ces derniéres sont en contact physique (mais pas électriqug) ou trés
proches llune de l'autre

EXEMPLE:| Les luminairessrechargeables a transfert de puissance inductive intégré et les lampes a|induction a
transfert de|puissance indugctive constituent des exemples.

Note 1 a I'grticle: <Si,_en outre, une technologie radioélectrique telle que définie par I'Union Interndtionale des
Télécommupicatiens (UIT) est utilisée ou superposée a la fonction de transfert de puissance des pppareils a
transfert d¢ puissance inductive & des fins de communication de données, les normes applicables a cette
technologie|radio@lectrique s'appliquent.

Note 2 a l'article: Toute propagation de I'énergie électromagnétique en dehors du systeme de la source et de la
charge de puissance inductive est considérée comme une perturbation électromagnétique et est donc soumise a
I'évaluation selon la présente norme.

3.2.5
fenétre optique
co6té de l'appareil d'éclairage d'ou provient la lumiére

3.2.6
fonction primaire
fonction d'un appareil qui est définie comme telle par le fabricant

3.2.7

fonction secondaire

toute fonction d'un appareil non essentielle pour accomplir la fonction primaire, définie par le
fabricant


https://iecnorm.com/api/?name=35d24fbee616a3315a417347a006c2d1

3.2.8
montage

- 88 — CISPR 15:2018 ©

d'essai

montage spécifique de I'EUT, du céblage et du matériel auxiliaire pendant I'essai

3.3 Termes et définitions relatives aux équipements

3.3.1
enseigne

publicitaire

IEC 2018

unité qui utilise I'éclairage pour la publicité, la signalisation routiére, les panneaux de

signalisat

3.3.2

ion, etc.

matériel d'appoint

transduct
appareils
connecté
perturbat

Note 1 a I'g
matériel au
de la CISPH

Note 2 a I'a

[SOURCH
a l'article

3.3.3
matériel
AE
appareil
du matéri

EXEMPLE:

Note 1 a
equipment”

Note 2 a I'a

[SOURCH
ajoutés.]

3.34
matériel

burs (par exemple, sondes de courant et de tension et réseaux fictifg)
(par exemple, cables, préamplificateurs, atténuateurs, filtres, . "ad3
5 a un récepteur de mesure ou a I'EUT et utilisés dans la transmission
pur entre I'EUT et le récepteur de mesure

rticle: Dans les publications CISPR, différentes définitions sont données)pour le matériel
Kiliaire et le matériel d'appoint. Les définitions données dans le présent.document reposen
16-2-3. Voir aussi 3.3.3 et 3.3.4.

rticle: Voir aussi Figure 2.

: CISPR 16-2-3:2016, 3.1.2, modifiée — Des exemples dans la définition et
ont été ajoutés.]
pssocié

e faisant pas partie du systéme-gn essai, mais nécessaire au bon foncti
| en essai (EUT)

Matériel générant des signaux de;commande d'éclairage.

‘article: L'abréviation "AE™._est dérivée du terme anglais développé correspondant

rticle:  Voir aussi Figure 2.

: CISPR 16-2-3:2016, 3.1.5, modifiée — L'exemple et la Note 2 a [l'articl

auxiliaire

et autres
ptateurs)
du signal

associé, le
t sur celles

les Notes

bnnement

'associated

e ont été

AuxEq

périphérique faisant partie du systeme en essai

EXEMPLE: Dans le CISPR TR 30-1 ou le CISPR TR 30-2, le luminaire de référence, si un ballast ou un pilote est
soumis a essai.

Note 1 a lI'article: L'abréviation "AuxEqQ" est dérivée du terme anglais développé correspondant "auxiliary

equipment".

Note 2 a I'article: Voir aussi Figure 2.

[SOURCE: CISPR 16-2-3:2016, 3.1.6, modifiee — L'exemple et la Note a l'article ont été

ajoutés.]
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3.3.5

appareillage

dispositif électrique inséré entre I'alimentation et une ou plusieurs sources de lumiére et qui
peut servir a transformer la tension d'alimentation, a limiter le courant de la ou des sources
de lumiere a la valeur exigée, a fournir la tension de démarrage et le courant de
préchauffage, a empécher le démarrage a froid, a corriger le facteur de puissance, a réduire
les perturbations radioélectriques, a inclure des dispositifs pour la gradation et d'autres
fonctions de commande

Note 1 a I'article: Cette définition s'écarte de celle de I'lEC 60598-1.

[SOURCE: IEC 62504:2014, 3.6.1, modifiée — L'abréviation "LED" utilisée dans le terme a été
supprimée et diverses modifications ont été apportées a la définition.]

3.3.6
éclairagqg décoratif
matériel qui émet de la lumiére pour les besoins atmosphériques, artistiques.-ou’de I'ambiance

3.3.7
adaptateur de lampe a deux culots
composant congu pour étre installé dans des luminaires construjts pour des lampes d'un
diameétre [de tube (conformément a I'lEC 60081 et a I'lEC 61195) et d'une longueur de tube
spécifiqu¢ afin de leur permettre de recevoir des lampes d'un autre diamétre de tube ou d'une
autre longueur de tube

Note 1 a I'gticle: Un adaptateur de lampe peut intégrer un commutateur, un fusible ou un appareillage de lampe
électroniqué pour le fonctionnement d'une lampe en hautes fréqtiences.

3.3.8
lampe a ballast intégré a deux culots
ensembld qui ne peut étre démonté sans se‘trouver endommagé de fagon permanente, muni
d'une ou(de plusieurs sources de lumiere et de deux culots de lampe, et incorpgrant une
source dinsi que tous éléments complémentaires nécessaires a l'amorgage |et a un
fonctionnement stable de la source de Tumiére

Note 1 a I'afticle: Voir la Note 1 a l'article et la Note 2 a I'article en 3.3.21.

3.3.9
semi-lunjinaire a deux ‘culots
unité anajogue a uneslampe a ballast intégré, mais congue pour utiliser une source de lumiére
remplacaple et/ou-Gn-dispositif d'amorcage

Note 1 a I'grticle: jLes semi-luminaires pour les lampes a incandescence ou les lampes a fluorescence de type
compact, pjarfois,“appelés adaptateurs, sont des dispositifs équipés d'un cb6té d'un culot de lampg normalisé
IEC 60061-|_afin de permettre le montage dans une douille normalisée de lampe et de I'autre cété dlune douille
permettant l'insertion d'une source de lumiere remplagable.

Note 2 a l'article: Le composant de la source de lumiére et/ou du dispositif d'amorgage d'un semi-luminaire est
facilement remplagable.

Note 3 a l'article: Pour les technologies a décharge de gaz, le composant du ballast n'est pas remplacable et
n'est pas éliminé a chaque remplacement d'une source de lumiére.

3.3.10

lampe de mise a niveau a deux culots

lampe tubulaire utilisant une technologie alternative a la fluorescence et qui peut étre utilisée
pour remplacer les lampes a fluorescence a deux culots sans nécessiter de modification
interne du luminaire et qui, aprés l'installation, maintient le méme niveau de sécurité de la
lampe remplacée dans le luminaire

Note 1 a l'article: Le remplacement du starter a lueur conformément a I'lEC 60155 par un starter a LED de
dimensions identiques, pour le bon fonctionnement de la lampe a LED a deux culots, n'est pas considéré comme
une modification du luminaire.
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3.3.11

lampe a induction

lampe a décharge gazeuse dans laquelle la puissance exigée pour produire de la lumiére est
transférée depuis I'extérieur de I'enveloppe de la lampe vers le gaz a l'intérieur par
I'intermédiaire d'un champ électrique ou magnétique

3.3.12

matériel en essai

EUT

matériel relevant du domaine d'application du présent document et soumis aux essais de
conformité (évaluation de la conformité) pour la compatibilité électromagnétique (émissions)

EXEMPLE: L'EUT peut étre un luminaire comprenant une ou plusieurs lampes, une lampe a ballast intégré, un
cordon lumineux ou un module.

Note 1 a I'grticle: L'abréviation "EUT" est dérivée du terme anglais développé correspondant ("equipment under
test".

Note 2 a I'afticle: Voir aussi Figure 2.

[SOURCE: CISPR 16-2-3:2016, 3.1.14, modifiée — La définition est maedifiée et I'exemple et la
Note 2 a ['article ont été ajoutés.]

3.3.13
lampe
unité contenant au moins une source de lumiére et<{Unvou deux culots normalisés pour
I'interface

3.3.14
source de lumiére a LED
dispositif | contenant une LED ou un ensemble de LED utilisés a des fins d'édlairement
lumineux

3.3.15
source de lumiére
dispositif gmettant de la lumiére produite par une transformation d'énergie électrique

Note 1 a l'article: Les appareils )d'éclairage émettent de la lumiere dans la plage comprise entre |Ja longueur
d'onde visiljle de 400 nm et 780nm.

[SOURCE: IEC 60050-845:1987, 845-07-01, modifiée — La définition a été reformuilée et la
note a l'afticle ajoutée.]

3.3.16
appareil d’éclairage
dispositif qui peut étre utilisé comme unité indépendante pour éclairer un site, des objets ou
leur entourage afin qu'ils puissent étre vus, et modules congus pour étre utilisés dans, ou
avec, ce type de dispositif ou cet ensemble de dispositifs

Note 1 a l'article: |l s'agit, par exemple, des luminaires, des lampes a ballast intégré, des lampes et modules TBT
utilisés pour I'éclairage général, de I'éclairage public/par projecteurs pour une utilisation extérieure, de I'éclairage
installé a l'intérieur des véhicules de transport ou sur ceux-ci et qui ne relévent pas du domaine d'application de la
CISPR 12.

[SOURCE: IEC 60050-845:1987, 845-09-01, modifiée — La définition a été reformulée.]
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3.3.17

luminaire

appareil d'éclairage qui répartit, filtre ou transforme la lumiére émise par une ou plusieurs
lampes ou sources de lumiéere et qui comporte, a I'exclusion des lampes elles-mémes, toutes
les piéces nécessaires pour supporter, fixer et protéger les lampes et, si nécessaire, les
circuits auxiliaires et les moyens de branchement de ceux-ci au réseau d'alimentation, au
pilote, aux télécommandes, au cablage, au support et au montage

Note 1 a l'article: Cette définition est tirée de celle donnée dans la norme IEC 60598-1 aux produits luminaires.
Dans cette norme, un luminaire n'inclut pas de lampe, sauf si la lampe en fait partie intégrante. Toutefois, pour les
besoins des essais d'émission décrits dans le présent document, un luminaire contient toujours une lampe, une
source de lumiére ou une charge résistive.

[SOURCE: IEC 60598-1:2014, 1.2.1, modifiée — La définition a été reformulée.]

3.3.18

module
piece électronique ou électrique qui remplit une ou plusieurs fonctions, particuliéfes d'une
applicatign d'éclairage et peut contenir des sources de radiofréquences,-qui est destjné a étre
appliqué [dans un luminaire ou une installation par un utilisateur firalk et a étre npis sur le
marché ef/ou vendu séparément d'un appareillage ou systéme d'éclairage

Note 1 a lI'prticle: |l s'agit par exemple d'une lampe a ballast intégré, ,d'un starter, d'un apparefllage, d'un
gradateur mural, d'une télécommande ou d'un module LED.

3.3.19
EUT passif
équipemgnt qui, compte tenu de sa nature intrinseéque et de ses caractéristiques physiques
(absence| de variation active et rapide ou cominutation des courants ou tensjons, par
exemple)| est incapable de produire ou de participer a la production d'¢missions
électromggnétiques qui dépassent un niveaulpermettant a la réception radio de s¢g dérouler
comme prévu

Note 1 a lfarticle: Un EUT passif n'est pas ‘susceptible de produire des perturbations électrompgnétiques.
Voir 6.2.

Note 2 a I'article: Les diodes de redressement de puissance et un starter électronique uniquement a¢tifs lors de
la phase d'amorgage sont considérés comme des composants passifs.

3.3.20
lampe a TBT restreinte
lampe a[TBT présentant des restrictions spécifiques concernant le type d'alimentation
électriqug et/ou la~longueur de cable pouvant étre utilisés, tels que ceux fournis ou|spécifiés
par le fabricant

Note 1 a l'article: Les lampes a TBT ne comportant aucune description détaillée des restrictions rle sont pas
restreintes.

3.3.21

lampe a ballast intégré

unité autonome intégrant une source de lumiére et d'autres éléments qui peuvent étre
nécessaires pour I'amorcage et pour assurer la stabilité de fonctionnement de la source de
lumiére, qui ne peut étre démontée sans étre endommagée de maniére permanente, et qui
est reliée a une douille ou un luminaire par l'intermédiaire d'un ou de deux culots de lampe
normalisés IEC 60061-1

Note 1 a I'article: Le composant de la source de lumiére d'une lampe a ballast intégré n'est pas remplacable.

Note 2 a I'article: Pour les technologies a décharge de gaz, le composant du ballast fait partie intégrante de la
lampe a ballast intégré; il ne fait pas partie du luminaire.

Note 3 a l'article: Le terme "lampe a ballast intégré" est un terme général pour désigner toutes les lampes qui
peuvent fonctionner indépendamment d'autres accessoires ou matériels auxiliaires externes, a I'exception de la
douille. Cela inclut les technologies a décharge de gaz et les technologies LED et OLED.
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[SOURCE: IEC 60598-1:2014, 1.2.59, modifiée — La définition a été reformulée, les Notes 2 et
3 a l'article ont été modifiées et la Note 4 a I'article a été supprimée.]

3.3.22

semi-luminaire

dispositif (parfois appelé adaptateur) équipé d'un cété d'un systéme de culot de lampe
normalisé |IEC permettant le montage dans une douille normalisée et, de I'autre c6té, d'une
douille permettant I'insertion d'une source de lumiére remplagable avec un culot

3.3.23

appareil a rayonnement ultraviolet et infrarouge

appareil a rayonnement optique fonctionnant a une longueur d'onde comprise entre 780 nm et
1 mm ou enire 1 nm et 400 nm

EXEMPLE:| Il s'agit, par exemple, d'appareils utilisés pour les soins médicaux et cosmétiques, et pour le
chauffage Ipcalisé.

[SOURCE: IEC 60050-731:1991 , 731-01-05 et 731-01-06, modifiées — Les\définitions ont été
combinégs.]

3.4 Termes et définitions relatives aux interfaces et aux acces

3.41
interface|d'alimentation électrique en courant alternatif
point de gonnexion a un réseau d'alimentation électriquelen’courant alternatif externg

3.4.2
interface|de communication/données/réseau
point de|connexion pour le transfert de données et le transfert sémaphore, destiné a
interconnecter des systémes largement dispersés par des moyens comme la gonnexion
directe a|des réseaux de télécommunication multiutilisateur (par exemple les résealix locaux
comme lgs réseaux Ethernet, les réseaux)en anneau a jeton, etc.)

3.4.3
interface|de commande
point de|raccordement d'un:conducteur ou d'un cable a l'appareil d'éclairagd afin de
commander son fonctionnément

3.44
interface|d'alimentation électrique en courant continu
point de gonnexien‘a un réseau d'alimentation électrique en courant continu externe

3.4.5
interface d'alimentation électrique

point de connexion auquel est raccordé un conducteur ou un cable qui transporte la
puissance électrique primaire pour le fonctionnement de I'appareil d'éclairage, et par lequel
les perturbations électromagnétiques conduites peuvent également entrer dans
I'environnement électromagnétique

Note 1 a l'article: Les cables peuvent étre connectés a une interface de transmission de la puissance électrique a
partir d'un réseau de distribution en courant continu et/ou alternatif dont la topologie permet aux perturbations
électromagnétiques d'entrer aisément dans I'environnement électromagnétique.

3.4.6

acces par l'enveloppe

interface sans fil non intentionnelle fictive de [I'appareil d'éclairage par laquelle les
perturbations électromagnétiques peuvent rayonner dans I'environnement

Note 1 a I'article: Basée sur I'lEC 61000-6-3:2006/AMD1:2010; 3.1.2.
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Note 2 a l'article: L'interface fictive peut étre composée, par exemple, de joints et d'ouvertures dans I'enveloppe
métallique physique, mais également de longueurs limitées de chacune de ses interfaces cablées. En régle
générale, dans la plage de fréquences supérieure a 30 MHz, un tiers de longueur d'onde de la longueur des
interfaces cablées peut participer aux perturbations rayonnées. Par conséquent, les interfaces cablées sont
également incluses dans le matériel auxiliaire qui est destiné a étre connecté avec des cables de moins de 3 m.

3.4.7

interface électrique

point de connexion de l'appareil auquel un conducteur ou un cable est raccordé pour
différentes fonctions (alimentation électrique, commande ou communication, par exemple)

EXEMPLES: Voir Figure 3.

3.4.8

terre fongtionneHe
borne de|l'appareil destinée a étre reliée a un conducteur de terre externe pour‘es besoins
fonctionngls et/ou de compatibilité électromagnétique

3.4.9
interface|de charge
point de |connexion de l'appareil d'éclairage fournissant I'énergie électrique a l'uh de ses
éléments

3.4.10
accés caplé local
interface de I'appareil d'éclairage directement reliée a de€s cables qui ne sont pas copnectés a
un réseap et dont la longueur est supérieure ou égale a 3 m ou qui sont indifectement
connectés$ au réseau par l'intermédiaire de matériel auxiliaire

EXEMPLE:| Il s'agit, par exemple, de l'interface d'alimentation électrique d'une lampe a TBT, de l'inferface d'un
pilote de cqnnexion d'un long cable de charge (> 3 m)-a“une source de lumiére, de l'interface de commande d'un
capteur poyr la connexion d'un cable de commande gourt (< 3 m) a un luminaire alimenté par le secteurl en courant
alternatif. Ppur des exemples, se référer a I'Annexe™D.

Note 1 a I'afticle: Ce type d'acces peut émetire des perturbations électromagnétiques.

3.4.11

réseau
installatign électrique compgsee d'appareils et de cables ou de cablage d'interconnexion pour
la transmission et la distribution de la puissance électrique, d'un signal électriqug pour la
transmisgion de données-ou pour la communication, etc.

3.412
acceés
catégorie| particuliere d'une interface d'un EUT qui fournit un trajet de couplage| pour les
perturbations” électromagnétiques entre [I'EUT et I'environnement électromagnétique
spécifique a cette catégorie

Note 1 a l'article: Voir Figure 1.
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Accés réseau
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EUT
locaux

Acceés cablés
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des longueurs inférieures a 3 m

(voir 3.4.6).
Figure 1 — Accés CEM d'un EUT
3.4.13
terre de protection
borne de|l'appareil destinée a étre reliée a un conducteur externe afin d'assurer la protection
contre leq chocs électriques en cas de défaut
3.4.14
acceés réseau cablé
interface [cablée de I'appareil d'éclairage reliée a des cables eux-mémes directement reliés a
un réseal, et par laquelle les perturbations électromagnétiques conduites peuvgnt entrer
dans le rgseau
3.5 Termes abrégés
AAN (Artificial Asymmetrical Network) réseau fictif asymétrique
CA courant alternatif
AE (Assofiated Equipment) matériel associé
AMN (Artfficial Mains Network) réseau fictif d'alimentation

AuxEq (Apxiliary Equipment)

CDNE (C

Emission

CISPR

bupling Decoupling-Network

CM (Comlmon Mode)

CP (Curr
CVP (Ca
dB
cC

nt.Probe)

matériel auxiliaire

réseau de couplage-découplage
Comité International Spécial des
Perturbations Radioélectriques
mode commun

sonde de courant

pacitive Voltage Probe)

DALI (Digital Addressable Lighting Interface)

DM (Differential Mode)

E (Earth)
TBT
CEM

sonde de tension capacitive
décibel

courant continu

interface d'éclairage adressable numérique

mode différentiel
borne de terre
trés basse tension

compatibilité électromagnétique
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EUT (Equipment Under Test)
FAR (Fully Anechoic Room)
FE (Functional Earth)

GHz

GU10

Hz

IEC (International Electrotechnical
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matériel en essai

chambre entiérement anéchoique
terre fonctionnelle

gigahertz

support en verre en forme de U et culot d'une
ampoule a réflecteur multifacette (MR)

hertz

Commission Electrotechnique Internationale

Commiss[on)

IEV (Intednational Electrotechnical
Vocabulaty)

IR

ISM
RSI
ATI
uiT

kHz
L
LAN (Lochl Area Network)

LED (Light Emitting Diode)

LLAS (Lafge Loop Antenna System)
MHz
MA
MF
nv

Vocabulaire Electrotechnique International

infrarouge

industriel, scientifique)et médical
réseau de stabilisation d'impédance
appareils de traitement de l'informatipn

UnionInternationale des
Téléeemmunications

Kilohertz

ligne

réseau local

diode électroluminescente
systéme de grande antenne-cadre
mégahertz

microampeére

microfarad

microvolt

LLAS (Large Loop Antenna System)
MHz

MA

MF

nv

N

N.A.

nF

OATS (Open Area Test Site)

systéme de grande antenne-cadre
mégahertz

microampeére

microfarad

microvolt

neutre

non applicable

nanofarad

emplacement d'essai en espace libre
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OLED (Organic Light Emitting Diode) diode électroluminescente organique
PE (Protective Earth) terre de protection

MID modulation d'impulsions en durée
RF radiofréquence

RGP (Reference-Ground Plane) plan de masse de référence

SAC (Semi Anechoic Chamber) chambre semi-anéchoique

SSL (Solid State Lighting) éclairage a semiconducteurs

TEM (Tra

TR (Techpical Report) rapport technique

uv ultraviolet

Equipement de mesure/d'essai
Bcepteur de mesure des
signaux perturbateurs

X

Limite de lénvironnement de
mesure ou d'essai
(c@nduit ou rayonné)

L et

Installation d'¢ssai
Site ou chambre quj crée les
conditions ou I'envirpnnement

| Matériel d'appoint (transducteur
| permettant de mesurer, coupler
' ou découpler une perturbation)

Matériel gssocié
(pour flaire
fonctionngr I'EUT)
A

Appareil en essai

\

1

1

1

1

1

1

! .
! de mesure ou dlessai

@ 1 spécifié(s) (pour Ies essais
N ; )
Systéme en essai : conduits ou raygnnés)

1

1

1

1

1

1

1

Matériel auxiligire

— AE EUT || AuxEq ~— (pour créer un systgme hote
5 et/ou un environngment
1 1 ' . . .
AuxE / d'essai représentatif
x L d o de I'EUT)
b e o o o o : IEC

Figure2 ~ Description générique des définitions du matériel d'essai, du matériel
e rtd riet i I iriel ) EUT ot
I'environnement d'essai/de mesure (définitions données dans la CISPR 16-2-3)

4 Limites

4.1 Généralités

Les exigences relatives a un EUT sont données dans le présent article sur la base de trois
accés CEM possibles qui peuvent s'appliquer a chacune des interfaces de I'EUT: accés par
I'’enveloppe, accés réseau cablé et accés cablé local. La classification des acces et
I'application de la limite pour chaque interface possible d'un EUT sont spécifiées a I'Article 5
et a I'Article 6.

Les limites de perturbations sont spécifiées pour les types particuliers de détecteurs, c'est-a-
dire les détecteurs de quasi-créte et les détecteurs de valeur moyenne (voir spécification du
récepteur CISPR dans la CISPR 16-1-1). Si les limites applicables sur une plage particuliere
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de fréquences sont spécifiées pour les détecteurs de quasi-créte et les détecteurs de valeur
moyenne, a condition de mesurer les niveaux de perturbation de I'EUT avec le détecteur de
quasi-créte, et s'il s'avére qu'ils satisfont aux limites moyennes, I'EUT doit alors étre
considéré comme satisfaisant aux limites et des mesures peuvent ne pas étre réalisées dans
cette plage de fréquences avec le détecteur de valeur moyenne.

Si des méthodes différentes avec des limites associées peuvent étre appliquées, le rapport
d'essai doit préciser la méthode et les limites correspondantes utilisées.

NOTE Les limites indiquées dans le présent document ont été déterminées dans le cadre d'une approche
probabiliste. Dans des cas exceptionnels, des dispositions supplémentaires sont exigées.

4.2 Plages de fréquences

En4.3, @an 4.4 et en 4.5, les limites et méthodes de mesure des caractéristliques de
perturbations radioélectriques sont données en fonction de la plage de fréquénced. Aucune
mesure nlest nécessaire aux fréquences pour lesquelles aucune limite n'est spécifiéq.

4.3 Limites et méthodes d'évaluation des accés réseau cablés
4.3.1 Interface d'alimentation électrique

Les limitgs et la méthode de mesure pour I'évaluation des tepsions perturbatrices fonduites
au niveay des bornes d'interface d'alimentation électrique en courant alternatif ou ep courant
continu, dans la plage de fréquences comprises entre 9 kHz et 30 MHz, sont donnégs dans le
Tableau 1.

Tableau 1 — Limites de tension perturbatrice
au niveau de l'interface d'alimentation électrique

Plage de fréquences Limites 2 Méthode
dB(uV)
Quasi-créte Valeur moyenne
9 kHz a 50kHz 110 - CISPR 1p-2-1 et 8.3
50 kHz a 150 kHz 90a80b -
150 kHz| a 0,5 MHz 66 a56° 56 a446°
0,5MHz| a 5,0 MMHz 56 ¢ 46 °
5 MHz a 30 MHz 60 50

2 A la fréquence de\transition, la limite inférieure s'applique.

Les limjtes, diminuent de maniére linéaire avec le logarithme de la fréquence dans les plageqg comprises
entre 5(0 kHZ et 150 kHz et entre 150 kHz et 0,5 MHz.

Pour les appareils d'éclairage intégrant exclusivement des lampes a inducfion, [a limite dans la plage de
fréquences comprises entre 2,2 MHz et 3,0 MHz est de 73 dB(uV) en valeur de quasi-créte, et de 63 dB(nV) en
valeur moyenne.

4.3.2 Interfaces réseau cablées autres que l'alimentation électrique

Les limites et méthodes de mesure pour I'évaluation des tensions perturbatrices conduites au
niveau des interfaces réseau cablées autres que l'alimentation électrique dans la plage de
fréquences comprises entre 150 kHz et 30 MHz sont données dans le Tableau 2 et au
Tableau 3.

L'une ou l'autre des méthodes et les limites associées indiquées dans le Tableau 2 ou
le Tableau 3 peuvent étre appliquées pour démontrer la conformité.
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Tableau 2 — Limites de tension perturbatrice
au niveau des interfaces réseau cablées autres que l'alimentation électrique

Plage de fréquences Limites Méthode
(MHz) dB(nV)
Quasi-créte Valeur moyenne
0,15 a 0,50 84 a74 74 a 64 CISPR 16-2-1 et 8.4
0,50 a 30 74 64

NOTE 1 Les limites diminuent de maniére linéaire avec le logarithme de la fréquence dans la plage comprise
entre 0,15 MHz et 0,5 MHz.

NOTE 2 Les limites de tension perturbatrice sont déduites de I'utilisation d'un réseau fictif asymétrique (AAN)

présentant pre-impédance-en-mode-commun-{mode-asymétrigue)-de—150-Q-3-linterface-Mnesurée-

Tableau 3 — Limites de courant perturbateur
au|niveau des interfaces réseau cablées autres que I'alimentationélectrique

Plage dd fréquences Limites Méthode
MHZz) dB(pA)
Quasi-créte Valeur moyenne
0,1p a 0,50 40 a 30 30 a0 CISPR 16-2-] et 8.4
0,50 a 30 30 20

NOTE 1 Lgs limites diminuent de maniére linéaire avec le logarithme de la fréquence dans la plage comprise
entre 0,15 MIHz et 0,5 MHz.

NOTE 2 Lps limites de courant perturbateur sont déduites' de I'utilisation d'une impédance en mofle commun
(mode asymétrique) de 150 Q. Par conséquent, le facteur\de conversion appliqué est de 20 log(150) = 44 dBQ.

4.4 Limites et méthodes d'évaluation des accés cablés locaux

La présemte norme différencie I''accés cablé local" en deux catégories. Ces deux datégories
sont:

a) l'interface de I'EUT qui_se connecte de maniére indirecte a un réseau par l'intermédiaire
du mptériel auxiliaire) (qui comprend l'interface d'alimentation électrique des lampes
a TBT));

b) l'interface de ("EUT qui ne se connecte pas a un réseau, de maniere directe ou [indirecte,
et qui|peut_étre reliée a des cables d'une longueur supérieure ou égale a 3 m.

Pour ces|deux catégories d'"accés cablés locaux", les limites applicables aux pertlurbations
conduites sont specifiees dans le present paragrapne.

Les limites et méthodes de mesure pour I'évaluation des tensions perturbatrices conduites au
niveau des accés cablés locaux dans la plage de fréquences comprises entre 9 kHz et
30 MHz sont données dans le Tableau 1, le Tableau 4, le Tableau 5 et le Tableau 6.

Les limites et méthodes applicables aux interfaces d'alimentation électrique des lampes
a TBT sont données dans le Tableau 1 et dans le Tableau 4, pour les lampes a TBT restreinte
et non restreinte respectivement, avec des exigences supplémentaires pour la méthode
d'essai de 6.4.7.
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Tableau 4 - Limites de tension perturbatrice des accés cablés locaux:
interface d'alimentation électrique des lampes a TBT non restreinte

Plage de fréquences Limites 2¢d Méthode
dB(nV)
Quasi-créte Valeur moyenne
9 kHz a 50 kHz 136 -
150 kHz & 0,5 MHz 92482° 82472° et A.5.1
0,5MHz a 5,0 MHz 82 72
5 MHz a_ 30 MHz 86 76
2 A la fréquence de transition, la limite inférieure s'applique.
b Les lim|tes diminuent de maniére linéaire avec le logarithme de la fréquence dans lesyplages comprises
entre 5(0 kHz et 150 kHz et entre 150 kHz et 0,5 MHz.
¢ Les limifes de ce tableau s'appliquent si aucun atténuateur de 26 dB n'est appliqué (voir Figure A.3)
d  Les limjtes de tension perturbatrice pour les lampes & TBT restreinte sont/gonnées dans ld Tableau 1
(voir 6.4.7).
Les limitgs et méthodes données dans le Tableau 5 ou le Tableau 6 doivent étre appliquées
aux acc€s cablés locaux autres que les interfaces dlalimentation électrique dep lampes
a TBT.
Tableau|5 — Limites de tension perturbatrice au-niveau des accés cablés locaux: acceés
cahlés locaux autres que l'interface d'alimentation électrique de lampe a TBT
Plage d¢ fréquences Limites Méthode
MHz dB(uV) @
Quasi-créete Valeur moyenne |
CISPR 16-2-1 (méthode de
0,1p a 0,50 80 70 la sonde de tension)
| Voir 8.5.p.2
0,50 a 30 74 64
a2 A la fréquence de transition, laslimite inférieure s'applique.
Tableau| 6 — Limites de courant perturbateur au niveau des accés cablés locaux: accés
cahlés locaux autres que l'interface d'alimentation électrique de lampe a TBT
Plage de fréquences Limites Méthod¢
MHz dB(pA)
Quasi-créte Valeur moyenne
. R . CISPR 16-2-1
0,15 a 0,50 40 a 30 30a20 Voir 8.5.2.3
0,50 a 30 30 20
NOTE 1 Les limites diminuent de maniére linéaire avec le logarithme de la fréquence dans la plage comprise
entre 0,15 MHz et 0,5 MHz.
NOTE 2 Les limites de courant perturbateur sont déduites de I'utilisation d'une impédance en mode commun
(mode asymétrique) de 150 Q, le facteur de conversion appliqué étant de 20 log(150) = 44 dBQ.

4.5

4.51 Généralités

Le présent paragraphe donne les

Limites et méthodes d'évaluation de I'accés par I’enveloppe

I’enveloppe en fonction de la plage de fréquences.

limites de perturbations rayonnées de l'accés par
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4.5.2 Plage de fréquences comprises entre 9 kHz et 30 MHz

Des limites de perturbations de champ rayonné dans la plage de fréquences comprises entre
9 kHz et 30 MHz sont données dans le Tableau 8 et le Tableau 9.

Les limites du Tableau 8 sont exprimées par rapport a un courant mesuré dans un systéme de
grande antenne-cadre (LLAS) tel que celui spécifié dans la CISPR 16-1-4. Ce courant est une
mesure du niveau de champ magnétique qui entoure I'EUT. Cette limite, applicable au
détecteur de quasi-créte du récepteur CISPR, est donnée pour trois tailles de systéme de
grande antenne-cadre dans la plage de fréquences comprises entre 9 kHz et 30 MHz.

La plage de dimensions maximales de I'EUT pour chacun des trois diamétres d'antenne-cadre
est donnée dans le Tableau 7.

Pour les |EUT de dimensions supérieures a 1,6 m, les limites données dans-|e Tableau 9
associées a la méthode de mesure de l'antenne-cadre de champ magnétique |spécifiée
en 9.3.2 peuvent étre appliquées.

Les limitgs du Tableau 8 et du Tableau 9 offrent différentes options.“Dans tous les|cas ou il
s'avére necessaire de vérifier les résultats de mesure d'origine, la_méthode de mesufte choisie
au déparf doit étre utilisée afin de garantir la cohérence des résultats. Le rapport d'essai doit
indiquer quelle méthode a été utilisée et quelles limites ont étécappliquées.

Tableau 7 — Dimensions maximales de I'EUT qui peuvent étre utilisées
pour les essais a I'aide d'un LLAS présentant des diamétres différents

Dimension maximale de I'EUT, D Diameétre de I'antenne cadre
m m
D<1,6 2
D<2,6 3
D<3,6 4

Tableau 8 < Liimites de perturbations rayonnées du LLAS
dans la plage de fréquences comprises entre 9 kHz et 30 MHz

Plage|de fréquences Limites de quasi-créte pour trois diamétres d'antenne Mgthode
dB(uA)
2m 3m 4m
9 kHz a, 70 kHz 88 81 75
CISIPR 16-2-3
3 3 3 a 3 a Py a
70 kHz 150 kH 88 3 58 81 3 51 75 345 =t 932
150 kHz & 3,0 MHz 58 3223°b 5143152a°b 453923°b
3,0MHz a 30 MHz 22 15216 ° 9a12¢

@ Décroissant linéairement avec le logarithme de la fréquence.

Pour les appareils d'éclairage intégrant exclusivement des lampes a induction, la limite dans la plage de
fréequences comprises entre 2,2 MHz et 3,0 MHz est de 58 dB(pA) pour un diamétre de 2 m, de 51 dB(pA) pour
un diametre de 3 m et de 45 dB(pA) pour un diamétre de 4 m.

Croissant linéairement avec le logarithme de la fréquence.

4.5.3 Plage de fréquences comprises entre 30 MHz et 1 GHz

Les limites de perturbations de champ rayonné et les méthodes de mesure dans la plage de
fréquences comprises entre 30 MHz et 1 GHz sont données dans le Tableau 10 en valeurs
quasi-créte du composant de champ électrique.
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Le Tableau 10 propose différentes options. Dans tous les cas, s'il s'avére nécessaire de
vérifier les résultats de mesure d'origine, la méthode de mesure et la distance de mesure
choisies au départ doivent étre utilisées afin de garantir la cohérence des résultats. Le

rapport d'essai doit indiquer quelle méthode a été utilisée et quelles limites ont été
appliquées.

Tableau 9 - Limites de perturbations rayonnées d'une antenne-cadre dans la plage de
fréquences comprises entre 9 kHz et 30 MHz pour un appareil de dimension > 1,6 m

Plage de Limites a 3 m Méthode
fréquences L
Quasi-créte
MH
z dB(uA/m)
0,009 a 0,070 69
0,070 a 0,150 69 4 39°
9.3.3
0,150 &[4,0 39332ab
4,0 a BO 3

Pour le$ appareils d'éclairage intégrant exclusivement des lampes a induction,/la limite dans la plage de
fréqueng¢es comprises entre 2,2 MHz et 3,0 MHz est de 39 dB(pA/m).

Décrois$ant linéairement en fonction du logarithme de la fréquence.
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Tableau 10 — Limites de perturbations rayonnées et méthodes de mesure associées
dans la plage de fréquences comprises entre 30 MHz et 1 GHz

Méthode d'essai @ Référence 9 Plage de fréquences Limites
de quasi-créte ¢
MHz
OATS ou SAC CISPR 16-2-3 30 a 230 30 dB(pV/m)
a une distance de 10 m 230 a 1 000 37 dB(pV/m)
OATS ou SAC CISPR 16-2-3 30 a 230 40 dB(pV/m)
a une distance de 3 m 230 a 1 000 47 dB(pV/m)
FAR CISPR 16-2-3 30 a 230 42 a 35 ¢ dB(pV/m)
a une distance de 3 m 230 a 1 000 42 dB(pV/m)
Guide|d'ondes TEM P IEC 61000-4-20 30 a 230 30 di(lem)
230 a 1 000 37 dB(pV/m)
Méthode CDNE © f CISPR 16-2-1 30a100 64 a 54 ¢ dB(uV)
100 a 200 54 dB(pV)
200 a 300 54 a 51 dB(pV)

a8  L'une ol I'autre des méthodes et les limites associées peuvent étre appliqué€s,pour démontrer la cqnformité.

b Le guide¢ d'ondes TEM se limite aux EUT sans cables reliés et de taille maximale selon le Paragraphe 6.2 de
I'"EC 61D00-4-20:2010 (la plus grande dimension de I'enveloppe a la’frequence de mesure de 1 Hz est une
longueur d'onde, 300 mm a 1 GHz).

¢ La métHode CDNE et les limites associées jusqu'a 300 MHz peuvent étre uniquement appliquées pour les EUT
dont leg fréquences d'horloge sont inférieures ou égales a 30MMHz. Dans ce cas, le produit esft considéré
satisfairg aux exigences entre 300 MHz et 1 000 MHz. Les lunites CDNE entre 200 MHz et 300 MHz spécifiées
dans le [Tableau 10 sont plus strictes que celles indiquées’dans la CISPR 15:2013. Une marge plug importante
(jusqu'a)10 dB a 300 MHz) a été appliquée entre 200,MHz et 300 MHz. Si I'essai CDNE n'est pag concluant,
I'une dep autres méthodes et les limites associées peuvent toujours étre appliquées 2.

d A la fréquence de transition, la limite inférieure s'applique.

¢ La limit¢ décroit linéairement avec le logarithme de la fréquence.

f La limife de taille de I'EUT indiquée dads la CISPR 16-2-1 ne s'applique pas. Pour la méthode| CDNE, les
dimensjons les plus importantes de 'EUTD 'sont 3 m x1 m x1m (L x/x H). Les restrictions CDNE $'appliquent
uniquerpent a I'EUT; elles ne s'appliquent pas au cablage ni aux dimensions totales du systéme en essai
(voir Figure 2).

9 Voir augsi 9.3.4.

5 Application.des limites

5.1 Généralités

L'applica xigences

supplémentaires en matiére d'applicabilité des limites a des types particuliers d'EUT sont
données a I'Article 6. Voir Figure 4.

Les conditions de fonctionnement générales de I'EUT sont données a I'Article 7. Les
méthodes de mesure des perturbations conduites et rayonnées sont spécifiées a I'Article 8 et
a I'Article 9.

5.2 Identification des interfaces soumises a l'essai

Si I'EUT n'entre dans aucune des catégories spécifiées a I'Article 6, les cas d'essai
applicables pour les différentes interfaces d'EUT doivent étre déduits comme suit.

En premier lieu, les propriétés physiques CEM de I'EUT et ses interfaces cablées doivent étre
déterminées (voir Figure 3 pour les recommandations). Pour chaque interface cablée, le type
de connexion au réseau est déterminé (directe, indirecte ou aucune). Une fois les types
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d'interfaces et les connexions possibles connus, chaque interface est attribuée a I'un des trois
acces CEM normalisés possibles, comme indiqué ci-dessous:

e acces par I'enveloppe;

e acceés réseau cablé;

e accés cablé local.

La méthode d'essai applicable, le montage d'essai associé et les limites doivent alors étre

choisis pour chaque interface tour a tour, en fonction de sa classification d'accés et selon les
exigences de 5.3.

5.3 Application des limites aux interfaces

5.3.1 Généralités

Un organigramme décrivant le processus de décision pour I'application.'des limites est
présenté p la Figure 4.

5.3.2 Exigences relatives aux perturbations conduites pour I'accés réseau cablé

5.3.2.1 Exigences relatives aux perturbations conduites pour l'interface
d'alimentation électrique

Les limitgs de tension perturbatrice et la méthode de mesure des interfaces d'alimentation
électriqug dans la plage de fréquences comprises entre kHz et 30 MHz sont données dans
le Tableap 1.

Ces limites s'appliquent pour les interfaces d'alimentation électrique directement cqgnnectées
au réseay d'alimentation électrique (voir Figure\4).

5.3.2.2 Exigences relatives aux perturbations conduites pour les interfaces féseau
cablées autres que I'alimentation électrique

Les limitgs spécifiées dans le présent paragraphe s'appliquent aux interfaces réseall cablées
autres qye l'alimentation électrique et qui sont directement connectées a un réseau (voir
Figure 4)

Les limitgs de tensionypefturbatrice et la méthode de mesure des interfaces réseal cablées
autres gqye l'alimentation électrique (pour la communication ou le transfert de données, par
exemple)| dans la~plage de fréquences comprises entre 150 kHz et 30 MHz sont |ndiquées
dans le Tlableau-2-pour une utilisation dans le cadre d'un réseau fictif asymétrique [AAN). Si
aucun régeau. de couplage n'est disponible pour l'interface en question, les limites :r courant

données |[dans le Tableau 3 doivent étre appliquées en utilisant la méthode de mesure du
courant indiquée en 8.4.

5.3.3 Exigences relatives aux perturbations conduites pour les accés cablés locaux
Ces limites s'appliquent pour les types d'interfaces suivants (voir Figure 4):

1) interface qui se connecte de maniere indirecte a un réseau par l'intermédiaire d'un autre
matériel, y compris l'interface d'alimentation électrique d'une lampe a TBT;

2) interface non connectée a un réseau et dont la longueur est supérieure ou égale a 3 m.

Pour les accés céblés locaux autres que l'interface d'alimentation électrique d'une lampe
a TBT, les limites de tension perturbatrice ou de courant perturbateur données dans le
Tableau 5 ou dans le Tableau 6 doivent étre appliquées a l'aide des méthodes de mesure
indiquées en 8.5.2.2 et en 8.5.2.3. La méthode de mesure et les limites applicables pour
I'interface d'alimentation électrique d'une lampe a TBT sont décrites en 6.4.7.
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NOTE Les interfaces qui ne sont pas connectées a un réseau et dont la longueur est inférieure a 3 m sont
évaluées dans le cadre de I'essai de l'acces par I’enveloppe. Néanmoins, l'interface d'alimentation électrique d'une
lampe a TBT fait toujours I'objet de I'essai d'émissions conduites (voir 6.4.7).

5.3.4 Exigences relatives aux perturbations rayonnées pour l'accés par I’enveloppe
5.3.4.1 Plage de fréquences comprises entre 9 kHz et 30 MHz

Des limites de perturbations de champ rayonné dans la plage de fréquences comprises entre
9 kHz et 30 MHz (Tableau 8 ou Tableau 9) s'appliquent a I'accés par I'enveloppe de I'EUT.
Toutefois, il est nécessaire de soumettre I'EUT a l'essai pour les émissions rayonnées
entre 9 kHz et 30 MHz uniquement si I'application, la construction ou la technologie de I'EUT
peut provoquer d'importants moments coulombiens. En cas de doute ou d'indisponibilité de
ces informations, I'essai doit étre réalisé. Un important moment coulombien est obtenu si un
courant gerturbateur aigllifibatif circute—dans—ume—boucte—comprermant—ume yldlld surface,
comme dans les cas suivants (entre autres):

— le fabficant permet de connecter des interfaces cablées externes a I'EUT.ayvec des cables
a un donducteur;

— I'EUT |applique un seul conducteur et un cablage d'interconnexion.séparé (ou pistes CCI)
a l'origine de boucles et d'un dipble magnétique associé;

— les EUT qui appliquent des technologies a transfert de puissance' inductive.

EXEMPLEY Les luminaires a lignes d'alimentation séparées, les lampes ‘& induction a transfert dg puissance
inductive ef les luminaires rechargeables a transfert de puissance inductive intégré sont considérés pomme des
appareils pfésentant d'importants moments magnétiques coulombiens.\Les sources de lumiére a LED|en courant
continu et |les luminaires a ballast a bobine magnétique de 50 Mz ou 60 Hz sont des exemples |d'appareils
d'éclairage |considérés comme présentant de trés courts moments coulombiens, et il n'est donc pas négessaire de
les soumettre a I'essai.

Si I'EUT |n'est pas en mesure de générer un<important moment magnétique coulombien,
aucun egsai n'est exigé et I'EUT est considéré satisfaire aux limites de perturbations de
champ rayonné dans la plage de fréquencesd@omprises entre 9 kHz et 30 MHz.

5.3.4.2 Plage de fréquences comprises entre 30 MHz et 1 000 MHz

L'EUT dqjit étre évalué pour les(émissions rayonnées dans la plage comprise entrg 30 MHz
et 1 000 MHz dans le cadre d'un_essai conforme a lI'une des méthodes du Tableau 10.

Si la méthode CDNE est-utilisée et que toutes les fréquences d'horloge de I'EUT sont
inférieurels ou égalest.a30 MHz, le produit est considéré satisfaire aux exigeng¢es entre
300 MHz| et 1 000 MHZz si les émissions sont conformes aux limites dans la plage de
fréquencgs comprises entre 30 MHz et 300 MHz (voir Tableau 10).

5.3.5 Tlusieurs interfaces de méme type

Si I'EUT dispose de plusieurs interfaces de méme type, elles doivent étre choisies pour I'essai
comme suit:

e si plusieurs interfaces analogues sont connectées a la méme carte ou au méme module, il
est acceptable de n'évaluer que 'une de ces interfaces;

e en présence d'acces de méme type sur des cartes différentes ou des modules différents, il
est acceptable d'évaluer un accés classique sur chaque type de carte ou de module.

Cela s'applique aux mesurages d'émissions rayonnées sur les acces réseau et les accés
cablés locaux uniquement.

Le rapport d'essai doit identifier les accés évalués. Toutes les autres interfaces et tous les
autres accés sont considérés satisfaire aux limites acceptables de la CISPR 15, a condition
que les exigences ci-dessus soient satisfaites quant au choix des accés pour les essais, et
qu'il ait été démontré que tous les accés soumis a l'essai sont conformes aux limites
applicables de la CISPR 15.
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5.3.6 Interfaces pouvant étre classées selon plusieurs types d'acceés

Si une seule interface satisfait a la définition de plusieurs types d'accés définis dans la
présente publication, elle fait I'objet des exigences qui s'appliquent pour chaque type d'acces
qu'elle satisfait.

EXEMPLE Une alimentation électrique par cable Ethernet peut étre identifiée comme étant un accés réseau cablé
(connexion Ethernet) et un accés cablé local (alimentation en courant continu). Pour l'accés réseau céablé
(connexion Ethernet), les limites du Tableau 2 ou du Tableau 3 s'appliquent. Pour I'accés cablé local (alimentation
en courant continu), les limites du Tableau 5 ou du Tableau 6 s'appliquent. Dans ce cas, les limites de courant
perturbateur du Tableau 3 et du Tableau 6 sont identiques. Les limites de tension perturbatrice du Tableau 2 et du
Tableau 5 sont différentes sous 0,5 MHz en raison des méthodes différentes utilisées. Dans cet exemple, les
limites pour I'un ou l'autre des types d'accés sont fondamentalement les mémes. Un systéme de communication a
large bande par courant porteur est un autre exemple dans lequel l'interface considérée peut étre classée comme
étant un type d'accés réseau cablé différent (voir 4.3).

6 Exigences relatives a lI'application d'une limite spécifique au produit

6.1 Généralités

Le présenmt article contient les exigences relatives a I'application d'ufie limite pour ges types
particuliefs d'appareils d'éclairage. |l doit étre utilisé conjointemént avec les ¢xigences
généraleg de I'Article 5. L'Article 5 s'applique pour les appareils qui ne figurept pas a
I'Article 6|(premier choix de la Figure 4).

Les noteg d'application spécifiques a un produit faisant référence a des montages de mesure
ou des cdnditions de fonctionnement particuliers sont données a I'Annexe A.

6.2 EUT passif

Un EUT passif est considéré comme satisfaisant aux exigences du présent docunjent sans
essai complémentaire. |l s'agit, par exemple, des luminaires adaptés aux |lampes a
incandes¢ence ou aux lampes a ballast intégré, des transformateurs pour lpmpes a
incandes¢ence ou a ballast intégré _quine régulent pas la tension a l'aide de composants
électroniques actifs et de luminairesimunis uniquement de LED et de composants papsifs. Les
diodes dg redressement de puissance sont considérées comme des composants paspsifs.

NOTE Le ferme "lampe a incandescence" utilisé dans le présent document englobe tous les types de lampes a
incandescefpce, y compris les lampes a halogéne.

EXEMPLE | Les lampes a.incandescence sont généralement considérées comme du matériel passif. Cependant, il
convient dg noter que/Certains types de lampes a incandescence possédant des filaments tres longs peuvent
générer deq perturbations excessives.

Un EUT pvec un appareillage électromagnétique peut étre considéré comme ne ¢ontenant
que des [composants passifs. Toutefois, compte tenu des caractéristiques physifjues des
lampes & déuhalyc, the—évatration—supptémentaire—est CA;HéC. €e type dappareil doit
satisfaire aux limites de tension perturbatrice au niveau des bornes d'interface d'alimentation
électrique (voir Tableau 1). Toutefois, les luminaires pour lampes a décharge ne contenant
qu'un appareil passif et munis d'un condensateur de correction de facteur de puissance ou
d'un condensateur d'antiparasitage (au moins 47 nF) entre les bornes sont considérés
satisfaire aux exigences du présent document sans mesurage. La conformité peut étre
obtenue par examen.

6.3 Cordons lumineux
6.3.1 Généralités

Les cordons lumineux (guirlandes de Noél, guirlandes lumineuses, par exemple) sont utilisés
pour différentes applications a la fois a l'intérieur et a I'extérieur dans les zones d'éclairage
général et d'éclairage a effets. Selon I'application et la construction, différentes sources de
lumiére ou technologies de lampe peuvent étre appliquées (lampes a incandescence ou
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lampes a LED, par exemple). L'appareillage des cordons lumineux peut étre indépendant ou
intégré. Des cordons lumineux sans appareillage sont également possibles.

6.3.2 Exigences relatives aux cordons lumineux

Les cordons lumineux munis de composants électroniques de connexion actifs doivent
satisfaire aux limites de tension perturbatrice aux bornes indiquées dans le Tableau 1 et aux
limites de perturbations rayonnées du Tableau 8 ou du Tableau 9, selon le cas, et du
Tableau 10.

La configuration et les montages d'essai sont spécifiés a I'Article A.3.

Le présent paragraphe expligue comment configurer un systéme en essaiysi I'EUT est un
stiné a étre mis sur le marché et/ou vendu séparément d'un appareil oy systéme
d'éclairage, et que l'utilisateur final doit donc appliquer dans uny@ppareil ou| systéme
d'éclairagde.

Différenty types de modules peuvent étre distingués, I'EUT\pouvant étre, par| exemple
(Figure 5):
e un mddule remplagable (lampe a ballast intégré, lampe a TBT ou starter, par exeimple);

e un magdule externe (pilote ou amorceur indépendant, gradateur mural ou télécdmmande,
par edemple);

e un mddule interne (pilote, par exemple);

e un mpdule monté (source de lumiéréy adaptateur ou carte d'interface réseau, par
exemple).

Les modyles internes, montés, remplagables ou externes doivent étre évalués avec|au moins
un systéme hote représentatif comme matériel auxiliaire.

Le ou les|accés d'un module-en cours d'évaluation doivent étre terminés conformément a 7.9.

Les fonctions de I'héte qui)sont spécifiques au module en cours d'évaluation dojvent étre

utilisées pendant les mesurages. Les modules présentés comme satisfaisant aux ingences
s

du présent document:dans un héte représentatif sont également considérés y satisfaire quel
que soit ['hote utilisé” L'hote et les modules utilisés pendant les mesurages doivent figurer
dans le rgpport d'essai.

Le fabricant‘du module doit spécifier I'néte ou le type de luminaire et les circuits asgociés qui
sont adapies et representatiis a utiliser avec le module. Cela doit reposer sur une analyse
des différentes applications classiques possibles pour le module spécifique, de sorte que
I'n6te choisi soit représentatif d'une utilisation classique en termes d'atténuation des
perturbations du module en question.

Les perturbations provenant du matériel auxiliaire (y compris I'héte) lui-méme doivent étre
suffisamment inférieures aux niveaux limites applicables.

Les exigences pour les types particuliers de modules sont données de 6.4.3 a 6.4.10.

6.4.2 Modules dotés de plusieurs applications

Les modules dont la fonctionnalité et la connectivité permettent d'étre des modules
remplagables, internes, montés et/ou externes doivent étre soumis a I'essai dans chacune de
ces configurations applicables. S'il peut étre démontré qu'une configuration particuliére est le
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cas le plus défavorable, les essais dans cette configuration sont suffisants pour démontrer la
conformité.

6.4.3 Modules internes

Pour les modules internes, l'applicabilité des limites est déterminée a l'aide du processus
présenté en 5.3. Ce processus doit étre appliqué a chacune des interfaces de I'héte qui
peuvent étre affectées par les émissions (conduites ou rayonnées) générées par le module en
essais. Pour les interfaces de I'hdte qui ne sont pas soumises a l'essai, le rapport d'essai doit
inclure une justification expliquant les raisons pour lesquelles elles sont considérées ne pas
étre affectées par les émissions générées par le module en essai.

L'hdte, qui_inclut le module en tant qu'EUT, est soumis a I'essai conformément a |'Article B.6
(voir Figure B.1b) et a I'Article C.4 (voir Figure C.4) ou le montage CDNE conformément a la
CISPR 18-2-1.

6.4.4 odules externes

Pour les Imodules externes, I'applicabilité des limites est déterminéeya l'aide du grocessus
présenté en 5.3 pour chacune des interfaces du module.

NOTE Poyr les modules externes, I'hnéte appliqué est le matériel auxiliajre,, La perturbation est mesurée aux
bornes de I[EUT (module en essai). Pour un exemple, voir I'Article D.3 (Cas 2= Application 2).

Les modulles externes en tant qu'EUT sont mesurés séparément afin de s'assurer que le
matériel auxiliaire (I'h6te) n'affecte pas le résultat de mesure (pas d'interaction mutuelle). Les
détails rejatifs au montage des modules externes sént*"donnés a I'Article B.6 (voir Figure B.2)
et a I'Artigle C.4 (voir Figure C.5) ou le montage GBDNE conformément a la CISPR 16-2-1.

6.4.5 Lampes a ballast intégré a culot uhique

Les lampes a ballast intégré a culotyunique doivent satisfaire aux limites dT tension
perturbatrice aux bornes indiquées( dans le Tableau 1 et aux limites de perfurbations
rayonnéep du Tableau 8 ou du Tabléau 9, selon le cas, et du Tableau 10.

La configuration et les montages d'essai des lampes a ballast intégré a culot unjque sont
spécifiés @ I'Article A.1.

6.4.6 Lampes a ballast intégré a deux culots, adaptateurs de lampe a deux culots,
semi-luminaires a deux culots et lampes de mise a niveau a deux culot$ utilisés
dans les. luminaires de lampe a fluorescence

Les lampes/a“ballast intégré a deux culots, les adaptateurs de lampe a deux culots, [les semi-
luminairegs_a”deux culots et les lampes de mise a niveau a deux culots utilisés|dans les
luminaires de lampe a fluorescence doivent satisfaire aux limites de tension de l'interface
d'alimentation électrique données dans le Tableau 1 et aux limites de perturbations
rayonnées du Tableau 8 ou du Tableau 9, selon le cas, et du Tableau 10.

Les méthodes d'essai sont spécifiées a I'Article A.4.

6.4.7 Lampes a TBT
Les lampes a TBT doivent satisfaire a I'une des exigences suivantes:

a) Les lampes a trés basse tension (TBT) (voir 3.3.20) non restreinte destinées a étre
connectées a des réseaux TBT symétriques doivent satisfaire aux tensions perturbatrices
conduites des accés céablés locaux (voir Tableau 4) au niveau de l'interface TBT,
mesurées selon la méthode spécifiée en A.5.1, et aux limites de perturbations rayonnées
du Tableau 8 ou du Tableau 9, selon le cas, et du Tableau 10, mesurées selon la
méthode spécifiée en A.5.2.
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NOTE 1 La perte d'insertion de I'appareillage appliqué est typiguement de 26 dB sur la base de mesures
réalisées sur des configurations réelles.

NOTE 2 Un soin particulier est apporté pour veiller a ce qu'aucune surcharge du récepteur ne se produise.

NOTE 3 L'ajout de la valeur 26 dB ne s'applique pas a I'évaluation des perturbations rayonnées.

b) Les lampes a TBT restreinte (voir 3.3.20) doivent satisfaire aux limites de tension
perturbatrice aux bornes d'alimentation du Tableau 1, mesurées selon la méthode
spécifiée en A.5.1, et aux limites de perturbations rayonnées du Tableau 8 ou du
Tableau 9, selon le cas, et du Tableau 10, mesurées selon la méthode spécifiée en A.5.2.

NOTE 4 Les lampes a TBT dotées d'un circuit électronique actif ne sont pas destinées a étre reliées a des
réseaux TBT asymétriques.

6.4.8 Semi-luminaires a culot unique

Les semitluminaires a culot unique doivent satisfaire aux exigences de I|'Article"5; [avec une
lampe classique satisfaisant aux exigences de charge spécifiées en 7.4.

Les semitluminaires a culot unique doivent étre montés, configurés etxmesurés comme une
lampe a Rallast intégré. Les méthodes d'essai sont spécifiées a I'Article A.1.

6.4.9 Amorceurs indépendants

Les amofceurs indépendants pour lampes a fluorescence et autres lampes a |[décharge
doivent satisfaire aux limites de tension perturbatrice aux;bornes d'alimentation du Tjableau 1,
et sont squmis a I'essai dans un circuit (voir I'Article A.6):

6.4.10 $tarters remplagables pour lampes fluorescentes

Si le stanter remplacable contient des composants électroniques de connexion act|fs, il doit
satisfaire|aux limites de tension perturbatrice’aux bornes d'alimentation du Tableau {I, tout en
étant appliqué et soumis a l'essai dans_un héte pertinent, c'est-a-dire un luminairg a lampe
unique équipé d'une lampe de la puissance assignée la plus élevée pour laquelle |le starter
est concy. Le fabricant doit spécifier'dans le manuel d'utilisation le type de luminairg et le ou
les circuits associés a utiliser ayec le starter. L'héte qui inclut le starter remplagable en tant
qu'EUT eft soumis a I'essai comme un luminaire selon I'Article B.5.

Si le starter remplacable-intégre un condensateur dont la valeur est comprise entre[0,005 pyF
et 0,02 ufF et qui est.connecté en parallele a ses bornes, il est considéré satigfaire aux
exigences du présenfidocument sans essai.

7 Conditions de fonctionnement et conditions d'essai de I'EUT

7.1  Généralités

Lors des mesures de perturbations de I'EUT, I'appareil doit fonctionner dans les conditions
spécifiées de 7.2 a 7.9.

L'EUT doit étre soumis a l'essai dans |'état ou il est livré par le fabricant et dans les
conditions normales de fonctionnement définies, par exemple, par I'lEC 60598-1 pour les
luminaires.

De plus, les conditions particuliéres possibles données a I'Article 8 et a I'Article 9 pour les
différentes méthodes de mesure doivent étre appliquées, selon le cas.

7.2 Commutation

La perturbation produite par le fonctionnement manuel ou automatique d'un interrupteur
(extérieur ou incorporé dans un appareil) pour la connexion ou la déconnexion de
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l'alimentation ne doit pas étre prise en compte. Cela inclut les interrupteurs manuels
marche/arrét ou, par exemple, ceux commandés par des capteurs ou des récepteurs de
télécommande. Toutefois, les interrupteurs qui peuvent étre actionnés plusieurs fois en 10 s
(ceux des enseignes publicitaires, par exemple) ne sont pas inclus dans cette exemption
(voir 7.5).

7.3 Tension et fréquence d'alimentation

La tension d'alimentation doit se situer dans les limites de + 2 % de la tension assignée. Dans
le cas d'une plage de tensions, le mesurage doit étre réalisé dans les limites de + 2 % de
chaque tension d'alimentation normalisée de cette plage donnée dans I'lEC 60038. La
fréquence d'alimentation du réseau doit étre celle assignée pour l'appareil. L'EUT qui peut
fonctionner aussi bien en courant alternatif qu'en courant continu doit étre mesuré dans les
deux conditions.

Si la plage de fréquences assignée inclut les fréquences 50 Hz et 60 Hz, uh)mesyrage doit
étre réalisé a 50 Hz ou a 60 Hz. Les émissions a d'autres fréquences du‘réseau gont alors
couverted par ce mesurage.

7.4 Chparge par filament assignée et régulation de lumiére

Si 'EUT présente une plage de charges par filament, il doit éife mesuré avec la charge par
filament gssignée maximale uniquement.

Si I'EUT peut réduire la puissance de sortie (gradation), fes perturbations électromagnétiques
de I'EUT doivent étre mesurées a I'émission lumineuséy minimale et maximale.

Les gradateurs a coupure de phase sont utilisés dans le réglage le plus défavorable
déterming lors d'un essai préalable.

7.5 Mqgdes de fonctionnement

Si I'EUT peut étre utilisé dans différents modes de fonctionnement (clignotement, [éclairage
permanent, communication par modulation lumineuse, couleur changeante, urgencsg, charge,
etc.), les| mesurages doivent alors étre réalisés dans le mode de fonctionnement le plus
défavorable.

NOTE Plupieurs régimestde~charge peuvent étre utilisés par certaines technologies de batterie [pendant la
charge, c'ept-a-dire la charge rapide, la charge d'entretien, la veille, MID, etc., pour les applicatiofs dans les
lampes torghes, I'éclairage de secours, etc.

Le cas |le plus défavorable doit étre identifi€é en prévisualisant chaque mmode de
fonctionnement pendant au moins un intervalle de répétition du mode spécifique.

7.6 Conditions ambiantes
Les mesures doivent étre effectuées en conditions normales de laboratoire. La température

ambiante doit étre dans les limites de la plage comprise entre 15 °C et 30 °C ou de la plage
spécifiée dans le manuel d'utilisation du fabricant, en cas de restrictions plus importantes.

7.7 Lampes
7.71 Type de lampe utilisé dans les appareils d'éclairage

Les perturbations de l'appareil d'éclairage doivent étre mesurées avec la lampe pour laquelle
I'appareil d'éclairage est congu.

Si l'appareil d'éclairage comporte plusieurs lampes, elles doivent toutes étes mises en
fonctionnement simultanément.
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7.7.2 Durées de vieillissement

La ou les sources de lumiére ou lampes qui font partie de I'EUT doivent étre des unités
stables. Certaines technologies de source de lumiére ont besoin d'une durée minimale de
vieillissement pour atteindre un état dans lequel les caractéristiques de performance sont
stables pour les besoins de cet essai.

Sauf spécification contraire dans le présent document ou par le fabricant, les durées de
vieillissement suivantes doivent étre appliquées:

— 2 h pour les technologies a incandescence;
— 100 h pour les technologies a décharge.

Pour les technologies LED et OLED, aucune durée de vieillissement n'est exigée du point de
vue des gssais CEM.

7.8 Dufées de stabilisation

Avant un|mesurage, I'EUT, y compris la ou les sources de lumiére~oU"lampes qui en font
partie, doit fonctionner jusqu'a stabilisation. Sauf spécification contraire dans l¢ présent
document ou par le fabricant, la durée de stabilisation suivante doit étre appliquée:

— 15 min pour les EUT qui n'incorporent pas de technologie a\décharge de gaz;

— 30 mip pour les EUT qui incorporent des technologies @ décharge de gaz.
7.9 Fopctionnement et chargement des interfaces cablées
7.9.1 Généralités

Les interfaces ou connexions congues commetdes accés cablés doivent fonctionner|avec des
cablages|et des charges ou terminaisons\€lassiques conformément aux spécifications du
fabricant.[Tout protocole de transmissiop.exigé doit étre approprié pour I'utilisation nprmale et
respecter|les spécifications du fabricant:

7.9.2 Interface destinée a la\transmission continue d'un signal ou de donnéep

Si linterfpce est destinéefavla transmission continue d'un signal (MID, par exemple), la
transmisdgion doit étre active pendant le mesurage de l'ensemble des accés de ['EUT. La
transmisgion continued'un signal ou de données peut étre exigée afin de maintenir I'état (le
niveau dg gradation;,par exemple) de I'EUT ou du matériel connecté a I'EUT.

7.9.3 Interface non destinée a la transmission continue d'un signal ou de données

Si la trangmission n'est pas continue ou qu'une transmission continue de données |n'est pas
nécessaire au maintien de Téfat de TEUT (commande de gradafion envoyée par
I'intermédiaire d'un protocole DALI, par exemple), la transmission continue ne doit pas étre
appliquée pendant les essais.

7.9.4 Charge
La charge d'un EUT doit étre appliquée comme suit:

— les interfaces de charge adaptées tant aux lampes a incandescence qu'a d'autres types
d'appareils d'éclairage (lampes a ballast intégré, par exemple) doivent étre soumises a
I'essai avec des charges résistives non inductives;

NOTE Les lampes a incandescence sont également considérées comme des charges résistives non
inductives.

— les interfaces de charge adaptées uniquement a un appareil d'éclairage autre que des
lampes a incandescence doivent étre soumises a l'essai avec l'appareil d'éclairage adapté
conformément aux spécifications du fabricant.
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Les exigences relatives au niveau de charge sont données en 7.4.

8 Méthodes de mesure des perturbations conduites

8.1  Généralités

Le présent article spécifie les méthodes de mesure, le montage de I'EUT et les procédures
associées aux mesurages des perturbations conduites. Il précise également des exigences
particulieres qui prévalent sur celles indiquées dans les normes fondamentales. Les détails
relatifs aux montages particuliers de I'EUT pour mesurer les perturbations conduites sont
donnés a I'Annexe B.

8.2 Ingtruments et methodes de mesure
Les pertlirbations conduites au niveau des différents accés doivent étrg\mesprées en
appliquart les instruments, les emplacements d'essai, les procédures et lasméthodg indiqués
dans les références du Tableau 11.
Tableau 11 — Apercu des méthodes
normalisées de mesure des perturbations conduites
Intérface Limites Plage de fréquences Référence
CISPR 16-1-1 (récepteur)
Interface d'glimentation | ¢, 4 9 kHz & 30 MHz CISPR 16-1-2 (matériel d'appoift: AMN)
électrique
CISPR 16-2-1 (méthode de medure)
CISPR 16-1-1 (récepteur)
Interfaces rgseau cablées | Tableau 2 150 kHz a.30, MHz CISPR 16-1-2 (AAN, CVP)
autres de l'interface i
d'alimentatipn électrique CISPR 16-2-1 et 8.4 (méthode dle mesure)
(pour la communication CISPR 16-1-1 (récepteur)
ou le transfert de
données, par exemple) Tableau 3 @ 150 kHz a4 30 MHz CISPR 16-1-2 (sonde de courarjt)
CISPR 16-2-1 et 8.4 (méthode dle mesure)
CISPR 16-1-1 (récept
Acces cablg local - (récepteur)
|pterfgce d'alimentation Tableau 1 ou 9 kHz a 30 MHz CISPR 16-1-2 (matériel d'appoipt: AMN)
électrique des lampes Tableau 4 3
aTBT CISPR 16-2-1 et A.5.1 (méthod¢ de
mesure)
CISPR 16-1-1 (récepteur)
Tableau 5 150 kHz & 30 MHz CISPR 16-1-2 (sonde de tension)
Acceés cablé lo€al — autre CISPR 16-2-1 et 8.5.2.2 (methode de
que l'interfdee mesure)
d'alimentation électrique CISPR 16-1-1 (ré t
des lampes a TBT (récepteur)
Tableau 6 150 kHz & 30 MHz CISPR 16-1-2 (sonde de courant)
CISPR 16-2-1 et 8.5.2.3 (méthode de
mesure)

a8 En fonction de l'acces en essai de I'EUT et de la méthode d'essai choisie, la limite applicable est celle du
Tableau 2 et/ou du Tableau 3.

Outre les exigences données dans les normes fondamentales, les exigences suivantes
s'appliquent pour le montage de I'EUT et la procédure de mesure.

8.3 Mesurage des perturbations de l'interface d'alimentation électrique

La tension perturbatrice doit étre mesurée conformément a la méthode de la CISPR 16-2-1 au
niveau de l'interface d'alimentation électrique de I'EUT au moyen de circuits et du montage
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décrits a I'Annexe B pour le type d'appareil correspondant. Un réseau fictif d'alimentation
enV50Q /50 uH + 5 Q qui satisfait aux exigences de la CISPR 16-1-2 dans les plages de
fréquences comprises entre 9 kHz et 150 kHz et entre 150 kHz et 30 MHz doit étre utilisé.

8.4 Mesurage des perturbations des interfaces réseau cablées autres que
I'alimentation électrique

Les perturbations de tension au niveau des interfaces réseau céablées autres que
I'alimentation électrique (pour la communication ou le transfert de données, par exemple)
doivent étre mesurées au moyen d'un réseau fictif asymétrique (AAN) conformément a la
CISPR 32. L'AAN doit étre relié au plan de masse de référence (voir Annexe B). La méthode
de mesure spécifiée dans la CISPR 16-2-1 s'applique.

Les pertliirbations de courant au niveau des interfaces réseau cablées a@ultres que
I'alimentation électrique (pour la communication ou le transfert de données,.par [exemple)
doivent étre mesurées au moyen d'une sonde de courant (CP) conformémgent a la
CISPR 18-2-1. La sonde de courant doit étre conforme a 5.1 de la CISPR 16=1-2:2014.

D'autre part, la tension combinée et les mesurages de sonde dé€) courant peujpent étre
appliquéq en utilisant les limites du Tableau 2 et du Tableau 3-et la méthode| CVP/CP
combinéd décrite en C.4.1.6.4 de la CISPR 32:2015.

NOTE Selles les perturbations de mode commun générées sont mesurees, les perturbations issues ¢les signaux
de commande en mode différentiel étant négligeables en pratique.

8.5 Mesurage des perturbations de I'accés cablé local
8.5.1 Alimentation électrique des lampes a TBT

La méthqdde de mesure des perturbations conduites au niveau de l'interface d'alimentation
électriqug des lampes a TBT est spécifiée en’A.5.1.

8.5.2 Caractéristiques autres que I'alimentation électrique des lampes a TBT
8.5.2.1 Généralités

Les méthodes de mesure des perturbations conduites au niveau des accés cablés locaux
autres gue l'interface TBT_d'une lampe a TBT doivent étre conformes a la CISPR|[16-2-1 et
aux paragraphes ci-dessous.

8.5.2.2 Méthode -de mesure de la sonde de tension

Si une sande(de' tension est utilisée pour mesurer les perturbations de tension sur des acces
cablés logaux; le circuit de mesure représenté a la Figure B.2 doit étre appliqué. Yoir aussi
B.3.5.

La tension est mesurée entre chaque cordon simple du cable de I'accés cablé local et la terre.
La sonde de tension doit étre telle que définie en 5.2 de la CISPR 16-1-2:2014.

Les résultats de mesure doivent étre corrigés pour tenir compte du diviseur de tension entre
la sonde et l'appareil de mesure. Pour I'application de cette correction, seules les parties
résistives des impédances doivent étre prises en compte.

La longueur du céble coaxial reliant la sonde et le récepteur de mesure ne doit pas
dépasser 2 m.
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8.5.2.3

Méthode de mesure par sonde de courant

Si une sonde de courant est utilisée pour mesurer les perturbations conduites sur des acces
cablés locaux, le circuit de mesure présenté a la Figure B.2 doit étre appliqué. Voir aussi

B.3.5.

La sonde de courant doit étre conforme a 5.1 de la CISPR 16-1-2:2014.

9 Méthodes de mesure des perturbations rayonnées

9.1 Généralités
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Tableau 12 — Apercu des méthodes normalisées
de mesure des perturbations rayonnées

IEC 2018

Méthode Limites Plage de fréquences Référence

LLAS Tableau 8 9 kHz a 30 MHz CISPR 16-1-1 (récepteur)
CISPR 16-1-4 (instruments: antennes et emplacement
d'essai)
CISPR 16-2-3 (méthode de mesure)

Antenne- Tableau 9 9 kHz a 30 MHz CISPR 16-1-1 (récepteur)

cadre CISPR 16-1-4 (instruments: antennes et emplacement
d'essai)
9.3 3 (méthode de mesure)

OATS/SAC| | Tableau 10 | 30 MHz a 1 GHz CISPR 16-1-1 (récepteur)
CISPR 16-1-4 (instruments: antennes et emplacement
d'essai)
CISPR 16-2-3 (méthode de mesure des perturbations
rayonnées)

FAR Tableau 10 | 30 MHz a 1 GHz CISPR 16-1-1 (récepteur)
CISPR 16-1-4 (instruments: antennes et emplacement
d'essai)
CISPR 16-2-3 (méthode de mesure)

TEM Tableau 10 | 30 MHz a 1 GHz CISPR 16-1-1 (récepteur)
IEC 61000-4220 (méthode et instruments de mesyre)

CDNE Tableau 10 | 30 MHz a 300 MHz CISPR #6-1-1 (récepteur)
CISPR-16-1-2 (instruments: dispositifs de couplage — CDNE)
€ISPR 16-2-1 (méthode de mesure CDNE)

Outre leg exigences données danstles normes fondamentales, les exigences suivantes

s'appliquent pour le montage de FEUT et la procédure de mesure.

9.3.2
9.3.2.1

Le compd
(LLAS) te

concerna

Configuration)de I'EUT

sant maghétique doit étre mesuré au moyen d'un systéme de grande anten
| que celui décrit dans la CISPR 16-1-4. L'EUT doit étre placé au centre
(voir Annexe/£-\de la CISPR 16-1-4:2010). Les exigences données dans la CISH
ht{’acheminement des cables partant de I'EUT et de positionnement dg

l'intérieur

Mesurage des perturbations rayonnées par un LLAS entre 9 kHz et 30 MHz

ne-cadre
du LLAS
PR 16-1-4

I'EUT a

dull AS doivent étre appliquées

Si le fabricant permet de connecter des interfaces cablées externes a I'EUT a l'aide de céables
a un conducteur (qui peuvent générer des boucles et des dipbles magnétiques associés,
voir 5.3.4.1), I'EUT doit étre soumis a I'essai en configurant chacune de ces interfaces
externes avec un cablage a un conducteur présentant une boucle rectangulaire d'une surface
de 1 m2. La plaque de support de la Figure A.6 peut étre utilisée pour établir cette boucle
de 1 m2. Le systéme en essai, c'est-a-dire I'EUT avec ses interfaces externes montées en
une ou plusieurs boucles de 1 m2, doit étre monté de maniére a entrer dans la plus petite
sphére possible tout en satisfaisant en méme temps aux exigences suivantes:

de 1 m2 est supérieure ou égale a 10 cm;

boucles de 1 m?2 est supérieure ou égale a 10 cm.

la distance entre I'enveloppe de I'EUT et le plan de ses interfaces montées en boucles

la distance entre la zone de boucles de deux interfaces d'EUT adjacentes montées en
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Le centre de cette sphére la plus petite possible englobant I'EUT et ses interfaces montées
en boucles de 1 m2 doit étre placé au centre du LLAS.

9.3.2.2 Mesures dans les trois directions

Le courant induit dans le LLAS est mesuré selon le Paragraphe 7.2 de la CISPR 16-2-3:2016.
Les trois directions du champ de I'EUT peuvent étre mesurées successivement a l'aide d'un
commutateur coaxial. Les résultats de mesure pour chaque direction doivent satisfaire aux
limites.

9.3.3 Mesurage des perturbations rayonnées par une antenne-cadre entre 9 kHz
et 30 MHz

Les mesyrages sont réalisés a une distance de 3 m avec une antenne-cadre |de 60 cm
(voir 4.3.2 de la CISPR 16-1-4:2010).

Les exigeinces de montage et la méthode de mesure suivantes s'appliquent:

1) le megurage doit étre réalisé sur un OATS ou dans une SAC;

NOTE |Les exigences de validation relatives aux mesurages inférieurs_a\30 MHz sont a I'éfude par la
CISPR/A; I''EC PAS 62825 donne quelques recommandations.

2) la hadteur du centre de la boucle au-dessus du RGP de,I'©QATS ou dans la SAQ doit étre
de 1,3 m;

3) l'antenne-cadre doit étre positionnée dans les deux{positions verticales par rapport au
RGP, [c'est-a-dire coaxiale verticale et coplanaire verticale;

4) la distance de mesure doit étre effectuée entrezle centre de I'antenne-cadre et Ig limite de
I'EUT,;

5) I'EUT [doit étre monté conformément a I'Article C.4;

6) I'EUT |doit étre pivoté pour chaque orientation de I'antenne-cadre et la valeur maximale
enregistrée pour chaque orientation<doit satisfaire aux limites données dans le Tgbleau 9.

9.34 Mesurage des perturbations rayonnées entre 30 MHz et 1 GHz

9.3.4.1 Méthode OATS ou SAC

Les exiggnces de montage-et la méthode d'essai de la CISPR 16-2-3 s'appliquent Idrsque les
essais sdnt réalisés a\l'aide de la méthode rayonnée sur un OATS ou dans une BAC. Les
détails spécifiques aux'montages de I'EUT sont donnés a I'Annexe C.

Pour amgliorersla reproductibilité, le cable d'alimentation par le réseau de I'EUT|doit étre
terminé par’un’CDNE (voir CISPR 16-1-2) placé sur le plan de masse de référenge (le cas
échéant),|l'accés du récepteur du CDNE devant étre terminé par une impédance de %0 Q.

9.3.4.2 Méthode FAR

Les exigences de montage et la méthode d'essai de la CISPR 16-2-3 s'appliquent lorsque les
essais sont réalisés a l'aide de la méthode rayonnée dans une FAR. Les détails spécifiques
aux montages de I'EUT sont donnés a I'Annexe C.

Pour améliorer la reproductibilité, le cable d'alimentation par le réseau de I'EUT doit étre
terminé par un CDNE (voir CISPR 16-1-2) placé sur le plan de masse de référence (le cas
échéant), I'accés du récepteur du CDNE devant étre terminé par une impédance de 50 Q.

9.3.4.3 Méthode TEM

Les exigences de montage et la méthode d'essai de I'|EC 61000-4-20 s'appliquent lorsque les
essais sont réalisés a l'aide de la méthode rayonnée dans une cellule TEM.
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9.3.4.4 Méthode CDNE

Les exigences de montage et la méthode d'essai de la CISPR 16-2-1 s'appliquent lorsque les
essais sont réalisés a I'aide du CDNE.

10 Conformité au présent document

Si le présent document donne des options pour évaluer les caractéristiques CEM particuliéres
avec un choix de méthodes de mesure, la conformité peut étre démontrée par rapport aux
limites spécifiées a l'aide de la méthode de mesure appropriée. Dans tous les cas, s'il s'avere
nécessaire mesurer de nouveau l'équipement pour démontrer la conformité au présent
document, la méthode de mesure choisie au départ doit étre utilisée afin de garantir la

cohérencgdesrésuttats:

NOTE Si ges éléments de I'équipement issus d'une série sont soumis a I'essai, une plage de-résultafs peut étre
attendue, quelle que soit l'incertitude de mesure. L'Annexe E contient des informations relatives aux méthodes

d'évaluatior) statistique des équipements produits en série.

11

Incertitude de mesure

Si des recommandations relatives au calcul de l'incertitude des instruments de megsure sont
spécifiées dans la CISPR 16-4-2, elles doivent étre suivies, et pour ces mesurages, la
détermingtion de la conformité aux limites du présent doeument doivent prendre en compte
I'incertituge des instruments de mesure conformémentva la CISPR 16-4-2. Lep calculs
permettant de déterminer le résultat de mesure et toute correction du résultat dg¢ mesure
exigée Idrsque l'incertitude du laboratoire d'essai<est supérieure a la valeur d¢ Uggpr

donnée dpns la CISPR 16-4-2 doivent étre inclusdans le rapport d'essai.

12 Rapport d'essai

rapport

'essai s'appliquent. Des~détails suffisants doivent étre fournis pour faciliter la

Les exiggnces générales en 5.10 de_I'ISO/IEC 17025:2005 concernant la compildtion d'un

reproduc
configuragion de mesure, le cas échéant.

Le rapporit d'essai doit inclure les informations suivantes:

ibilit¢ des mesuragesi\_Elles doivent inclure des photographies de I'EJT et la

les dimensions deI'EUT;

la mdthode “de’ perturbations de champ rayonné sous 30 MHz utilisée et lgs limites
assocjées(qui ont été appliquées (4.5.2);

la mdthode de perturbations de champ rayonné au-dessus de 30 MHz utilis¢e et les
limites associées qui ont été appliquées (4.5.3);

si la méthode CDNE est utilisée pour démontrer la conformité a 1 GHz, une déclaration
(du fabricant) que la fréquence d'horloge est inférieure a 30 MHz;

les interfaces cablées qui ont été évaluées avec l'accés attribué, la méthode utilisée et les
limites associées (5.3);

en cas de mesures de module, la description et le montage de I'h6te et des modules
utilisés pendant les mesurages (voir 6.4);

la correction du résultat d'essai exigée lorsque l'incertitude du laboratoire d'essai est
supérieure a la valeur de Ui gpgr donnée dans la CISPR 16-4-2;

les écarts par rapport aux exigences de longueur de cable, si des longueurs de cables en
contradiction avec d'autres exigences de longueur de céble ou dimensions dans le
montage d'essai (B.2.1).
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Cables

Module externe,

: H (sans fil) ;
Module interne

e ]

Figure 5 — Exemple d'un systéme héte avec différents types de modules
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Annexe A
(normative)

Notes d'application spécifiques a un produit faisant référence a des
montages de mesure ou des conditions de fonctionnement particuliers

A.1 Lampes a ballast intégré a culot unique

A.1.1 Montage pour les mesures de perturbations conduites

Le circuit de mesure de la tension perturbatrice d'une lampe a culot unique est présenté a la
Figure B.frc:

La lampg est munie d'une douille adéquate et est montée dans un support.de féférence
conique (poir Figure A.2). Le support conique est placé sur la table a 40 cm¢du“plan e masse
de référence (voir Figure B.1, Figure A.3 et Figure A.4). Les lampes a ballast intégré avec
culot a bgionnette GU10 (IEC 60061-1) doivent étre placées dans un type de fixation a collier
de serrage conducteur en contact avec la circonférence du suppott (conductricé ou non
conductrigce) de la lampe GU10 a proximité du bord (voir Figure A:5)-La largeur du |collier de
serrage doit étre de (9 £ 1) mm. La fixation a collier de serrage. deit étre reliée a la|borne de
terre de I'AMN. Le collier de serrage conducteur, associé a une_douille adéquate, faif office de
luminaire|de référence pour les lampes GU10.

Le cable d'alimentation qui relie les bornes du support.eonique ou du collier de serrpge de la
lampe GU10 a I'AMN doit mesurer 0,8 m. Le support métallique conique ou le ¢ollier de
serrage de la lampe GU10 doit étre relié a la bornelde terre de I'AMN.

Les lampges a ballast intégré a culot uniquerdont la forme particuliére n'est pas adaptée au
support gonique doivent étre mesurées-~a“l'aide d'un support de référence (lumjinaire de
référence)) qui satisfait aux exigences diun systéme hote (voir 6.4.1).

A.1.2 Montage pour les mesures des perturbations rayonnées

La lampela culot unique doit &étre mesurée lorsqu'elle est insérée dans une douille adéquate.

A.2 Sémi-luminaires

Les semi-luminaire's doivent étre mesurés avec une lampe adaptée ayant la puissance
maximalel autorisée. La combinaison du semi-luminaire (EUT) et de la lampe| (AuxEq)

constitue| le_ssystéme en essai; cette combinaison doit étre soumise a l'essai comme une
lampe a dulef unique (\/nir Article A 1)

A.3 Cordons lumineux

A.3.1 Préparation de I'EUT

Les cordons lumineux (pas le cordon d'alimentation, le cas échéant) doivent étre repliés sur la
plaque de support isolant comme décrit a la Figure A.6. La plaque de support se compose
d'une plaque isolante carrée de dimensions (1250 x 1250) mm et de deux rangées
de 24 supports isolants circulaires positionnés comme indiqué a la Figure A.6. Le point de
départ (connexion au secteur) du cordon se situe au milieu entre les deux rangées sur le c6té
gauche de la plaque. Si le cordon lumineux (a I'exclusion du cordon d'alimentation) mesure
moins de 1,2 m, aucune sinuosité n'est nécessaire sur la plague de support et le cordon
lumineux doit étre traité comme un luminaire.
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A.3.2 Montage pour les mesures de perturbations conduites

Le support isolant (AuxEq) avec les cordons lumineux (EUT) doit étre considéré comme un
luminaire et doit étre monté de la maniére spécifiée a I'Article B.5.

A.3.3 Montage pour les mesures des perturbations rayonnées

Le support isolant (AuxEq) avec les cordons lumineux (EUT) doit étre considéré comme un
luminaire et doit étre monté de la maniéere spécifiée en C.4.2.

A.4 Adaptateurs de lampe a deux culots, lampes a ballast intégré et a deux
culots, semi-luminaires a deux culots et lampes de mise a niveau a deux

cytotsutitisésdanstestumimaires atampeafluorescence

A4.1 Pour les applications dans les luminaires linéaires dotés d'un appareillage
electromagnétique

Les adaptateurs de lampe a deux culots, les lampes a ballast intégré et a deux dulots, les
semi-luminaires a deux culots et les lampes de mise a niveau a,deux culots dojvent étre
mesurés |avec le matériel auxiliaire spécifié a la Figure A.1. L'EUT est inséré|dans un
luminaire| de référence linéaire comme indiqué a la Figure A< L'appareillage de lampe
magnétiqle existant est en court-circuit si cela est spécifi¢ par le fabricant dans Ie manuel
d'utilisatigon. La hauteur des douilles doit étre telle que la{distance entre l'extérieur de la
lampe et|la plaque métallique soit de (9 + 1) mm pour les\lampes présentant un digmétre de
tube nomlinal inférieur ou égal a 25 mm, et de (20 £)'mm pour les lampes présentant un
diamétre de tube nominal supérieur a 25 mm.

Les unités soumises a l'essai (EUT) doivent étre mesurées selon leur fabrication.| Pour les
adaptateyrs de lampe a deux culots et les*semi-luminaires a deux culots, des lampes
adaptées|présentant la puissance maximale~admissible doivent étre utilisées.

Si I'utilisation d'un appareillage magnetique est exigée par le fabricant dans l¢ manuel
d'utilisatign, il doit satisfaire a I'lEC.\60921 et la capacité parasite entre la ligne et la|terre doit
étre inférjeure a 2 nF, mesurée a.un niveau inférieur ou égal a 1 kHz. L'appareillage |de lampe
magnétique du montage dewmesure de la Figure A.1 doit étre mis en court-circliit si son
utilisation| n'est pas exigée-par le fabricant. Pour les émissions conduites, le cable feliant les
bornes dy luminaire de référence a I'AMN doit satisfaire aux exigences de B.2.1. La|borne de
terre du Ibminaire de_réference doit étre reliée a la borne de terre de I'AMN.

A.4.2 Pour les_applications dans les luminaires linéaires dotés d'un appareillage
glectronique

Pour les applications d'adaptateurs de lampe a deux culots, de lampes a ballast infégré et a
deux culots, de semi-luminaires a deux culots et de lampes de mise a niveau a deux culots
utilisés dans les luminaires munis d'un appareillage électronique en fonctionnement, les
exigences doivent étre vérifiées en utilisant un luminaire héte classique ou un luminaire de
référence CISPR TR 30-1 conforme au présent document.

A.4.3 Pour les applications dans d'autres luminaires que les luminaires linéaires

Les lampes a ballast intégré a deux culots dont la forme particuliere (en U, par exemple) n'est
pas adaptée au luminaire de référence de la Figure A.1 doivent étre mesurées a l'aide d'un
support de référence qui satisfait aux exigences d'un systéme hote (voir 6.4.1).

A.4.4 Méthodes de mesure

L'EUT du luminaire de référence (AuxEq) est soumis a l'essai comme un luminaire. Le
systéme en essai, y compris I'EUT, tel que représenté dans la Figure A.1, doit étre utilisé tant
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perturbations électromagnétiques rayonnées décrites a I'Article 9.

A.5 Lampes a TBT

A.5.1 Essai de perturbations conduites

Les lampes a TBT doivent étre soumises a |'essai comme suit:

I'Article 8 que pour mesurer les

a) Lampes a TBT non restreinte: Les bornes a trés basse tension de la lampe a TBT doivent
étre reliées a I'AMN. Le cb6té d'entrée du réseau de I'AMN est relié a la sortie d'un
transformateur magnétique adapté. Voir Figure A.3.

b) Lampes a IBT restreinte: La lampe a TBT doit étre reliee a I'alimentation

modé
mesulf

Dans les
tresse d
CISPR 16

A.5.2

ju méme

e/type que spécifié par le manuel d'utilisation du fabricant. La combinaisefy doit étre
ée a l'aide du montage présenté a la Figure A.4.
deux cas, la lampe a TBT est montée comme indiqué en A.1.1. Dans tous Ies cas, la
e meétallisation de [I'AMN doit satisfaire aux exigenCés de 5.3 de |Ia
-2-1:2014.
Essai de perturbations rayonnées

Les pertirbations rayonnées d'une lampe a TBT (s'il y~@ lieu; voir 6.4.7) doivent étre

mesurées
métalliqu

b conique.

Pour tm:[e méthode d'évaluation des perturbations rayonnées, les principes

s'appliquent:

e pour les lampes a TBT non restreinte, seule la lampe doit étre évaluée;

e pour les lampes a TBT restreinte, ta-lampe et la source d'alimentation spécifiqu
étre épaluées.

A.6 Amorceurs indépendants

Les amg
L'amorce
isolant d

rceurs indépendants sont mesurés dans un circuit lampe-ballast 4
Ur doit étre monté avec la lampe ou le ballast approprié sur une piéce en

dimensio
reliée a |

terre, celle-ci_doit également étre reliée a la terre de référence. La lampe e
démarrée| ‘Aprés une durée de stabilisation, la tension aux bornes est mesurée.

s légenement plus grandes que la piéce en matériau isolant. La plaque

selon I'Article 9. Cependant, la lampe ne doit/pas étre montée sur up support

suivants

e doivent

pproprié.
matériau

e (12 £ 2ymm d'épaisseur, qui doit étre placée sur une plaque métgllique de

doit étre

terre-de référence de I'AMN. Si le dispositif ou le ballast est muni d'une

borne de

slt ensuite
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Dimensions en millimétres

[~~~ Matériau isolant

lL— Plaque en métal

Douille

EUT

Vis de fixation du réflectepr
(au moins 4 vis)

"Z \\
| L™= Réflectearamovible

| — (aluminium non gainé)

" Douille du starter: appliguer
le starter tel que fourni |par
le fabricant, ou court-cifcuit

\ . .
Appareillage magnétique
(MCG) ou court-circuit
S
(= -] (= =] =
3 +
N~ S
]
~
o
AN
(2]
o
®© o
<
N\
150
210 Connecteur type
300
nzn 10
d 293
5 © 0
| o £ ©
< h=921pourd<25ou z0z=
! \l/ 2 h=20%1pourd>25
|
: 0
<> <>

Réflecteur amovible IEC

Figure A.1 — Luminaire de référence pour les adaptateurs de lampe a deux culots, les
lampes a ballast intégré et a deux culots, les semi-luminaires a deux culots et les
lampes de mise a niveau a deux culots utilisées dans les luminaires a lampe a
fluorescence linéaire (voir A.4.1)


https://iecnorm.com/api/?name=35d24fbee616a3315a417347a006c2d1

- 124 - CISPR 15:2018 © IEC 2018

Dimensions en centimetres

Vis a serrage a
main qui fixe la
position du tube a
I'intérieur du céne

o
\ §3
J— £
) Connexion au PE O g
< - de I'AMN
[Te} ' 4
@
Liaison
o équipotentielle
\ A
3 enftretoises carrées (1,0 cm x 1,0 cm
de pection transversale) de matériau MCH
idolant électrique réparties sur la \
circonférence du support conique EUT °
métallique perforé a 3 x 120° = 360° ¢ =
(poyr assurer une distance d'isolement H E
dgns l'air entre I'EUT et la surface E
métallique) H
¢ 5
‘»
\ [
e £
z
\
22,5° +1° E
"""“M
i
i
ke.bord de I'ouverture du
support conique est positionné
sur la table d'essai IEC
Légende
T Tupe: diamgtre extérieur 1,9 mm, diametre intérieur 1,6 cm
LH Dquille
EUT Lampe a ballast intégré en essai
MCH Support conique métallique perforé (carrés de 5 mm, par exemple)
EPSI Interface d'alimentation électrique
NOTE 1 Tolérances sur les dimensions: + 1 mm, sauf spécification contraire.

NOTE 2 Pour une bonne référence, ajuster la lampe a la position la plus proche de la douille.

NOTE 3 Pour une bonne référence, la douille est en matériau isolant.

Figure A.2 — Support métallique conique pour lampes a culot unique (voir A.1.1)
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